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1 Zu dieser Betriebsanleitung | 1.1 Textkonventionen und Linktypen

1 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung (im Folgenden ,,Dokument” genannt) gilt als Teil von Axiolab 5, Axiolab 5
materials, im Folgenden ,Mikroskop” genannt.

Dieses Dokument beschreibt grundlegende Vorgehensweisen und Sicherheitsinformationen, die
wahrend des Betriebs und der Wartung beachtet werden mussen. Daher muss das Dokument vor
der Inbetriebnahme vom Benutzer gelesen werden und standig am Einsatzort des Mikroskops
verfligbar sein.

Dieses Dokument ist ein wichtiger Bestandteil des Mikroskops. Wird das Mikroskop weiterver-
kauft, muss das Dokument dem Mikroskop beigelegt oder dem neuen Besitzer ausgehandigt
werden.

Die Mikroskope vom Typ Axiolab 5 umfassen:

= Axiolab 5 Bio-DL (430037-9011-000, 430037-9110-000, 430037-9060-000)

= Axiolab 5 Bio-DL/FL (430037-9021-000, 430037-9120-000, 430037-9070-000)
= Axiolab 5 Pol-DL (430037-9130-000)

Die Mikroskope vom Typ Axiolab 5 materials umfassen:
= Axiolab 5 Pol-DL/Konoskopie (430037-9042-000)

= Axiolab 5 Pol-DL/AL (430037-9032-000)

= Axiolab 5 Mat-DL/AL (430037-9052-000)

1.1 Textkonventionen und Linktypen

Beispiel Erklérung

Namen von Bedienelementen und wichtige
Informationen sind in Fettschrift dargestellt,
zum Beispiel:

Auf Start klicken. Software-Bedienelemente und Elemente der
grafischen Benutzeroberflache.

Die Standby-Taste drlcken. Hardware-Bedienelemente und -Elemente.
Die Taste Enter auf der Tastatur driicken. Taste auf der Tastatur.

Die Tastenkombination Strg+Alt+Entf Mehrere Tasten auf der Tastatur gleichzeitig
drucken. drucken.

Tools > Zur Bedienkonsole > Schleuse In der Software einem Pfad folgen.

wahlen.

Beispiel.pdf in diesem Feld eingeben. Vom Benutzer einzugebender Text.
Programmierung und Makros Alles, was beim Programmieren wortlich

eingegeben wird, zum Beispiel Makrocodes,
Schltsselworter, Datentypen, Methoden-
namen, Variablen, Klassennamen und
Schnittstellennamen.

Tab. 1: Textkonvention
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1 Zu dieser Betriebsanleitung | 1.2 Erlduterungen zu Warnhinweisen und zusatzliche Informationen ZEISS

Beispiel Erkldrung

Siehe: Textkonventionen und Linktypen [} 7]. Link zu weiteren Informationen zum jewei-
ligen Thema.

https://www.zeiss.com/corporate/int/ Link zu einer Webseite im Internet.

home.html

Tab. 2: Linktypen

1.2 Erlauterungen zu Warnhinweisen und zusatzliche Informationen

GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS sind standardisierte Signalwérter, die verwendet
werden, um die Gefahrenstufen und Risiken fur Personen- und Materialschaden zu bestimmen. Es
sind nicht nur die Sicherheits- und Warnhinweise im Kapitel Sicherheit zu beachten, sondern
auch die Sicherheits- und Warnhinweise in anderen Kapiteln. Werden diese Anweisungen und
Warnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen und Materialschaden sowie zum Verlust
jeglicher Schadensersatzanspriiche fiihren.

Die folgenden Symbole und Warnhinweise, die gefahrliche Situationen und Gefahren anzeigen,
werden in diesem Dokument verwendet.

A GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr

GEFAHR zeigt eine unmittelbar gefahrliche Situation an, die zum Tod oder zu schweren Verlet-
zungen fuhrt, wenn sie nicht vermieden wird.

Art und Quelle der Gefahr

WARNUNG weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen flihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

/A VORSICHT

Art und Quelle der Gefahr

VORSICHT weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die zu leichten oder mittel-
schweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Art und Quelle der Gefahr

HINWEIS weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die zu Sachschaden flihren kann,
wenn sie nicht vermieden wird.

Info

Bietet zusatzliche Informationen oder Erklarungen, um dem Bediener das Verstandnis des
Inhalts dieses Handbuchs zu erleichtern.
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https://www.zeiss.com/corporate/int/home.html
https://www.zeiss.com/corporate/int/home.html

ZEISS

1 Zu dieser Betriebsanleitung | 1.3 Erklarung der Symbole

1.3 Erklarung der Symbole

C€

o
@
= -/

e

HEEERH®EESR

CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne)

CSA-Zulassungsschild: Produkt getestet durch die CSA; erfillt die
Standards fir die USA und Kanada.

Angabe der Master-Nummer fur die CSA-Zulassung optional neben
diesem Symbol.

UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed)

Hersteller

Herstellungsland. ,CC" ist der Landercode, z. B. ,,DE” fur Deutsch-
land, ,CN" fur China.
Angabe des Herstellungsdatums optional neben diesem Symbol.

Importeur

Autorisierter Vertreter in der Europaischen Gemeinschaft

Autorisierter Vertreter in der Schweiz

In-vitro-Diagnostikum

Seriennummer

Katalognummer

WEEE-Kennzeichnung: Nicht als unsortierten Abfall entsorgen.
Zwecks Verwertung und Recycling separaten Sammeleinrichtungen
zufuhren.
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1 Zu dieser Betriebsanleitung | 1.4 Weitere mitgeltende Unterlagen ZEISS

1.4

Broschiiren und
Zertifikate

Lokale und
nationale
Gesundheits- und
Sicherheits-
vorschriften

Software

System- und
Fremdkompo-
nenten, Zubehor

1.5

Weitere mitgeltende Unterlagen

Bitte auch folgende Unterlagen beachten:

Broschdiiren, Zertifikate (z. B. 1SO, CSA, SEMI) und Konformitatserklarungen (z. B. EU, UK) kénnen
Uber den ZEISS Vertriebs- und Servicepartner angefordert werden.

Die flr den Aufstellungsort und die Verwendung des Mikroskops geltenden 6rtlichen und natio-
nalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

Mit dem ZEISS Vertriebs- und Servicepartner Riicksprache halten, wenn diese Vorschriften im
Widerspruch zu den Aufstellbedingungen des Mikroskops stehen.

Weitere Details zur Verwendung von Microscopy Apps erhalten Sie in der entsprechenden Anlei-
tung (z. B. Online-Hilfe, Softwarehandbuch) oder bei Ihrem ZEISS Vertriebs- und Servicepartner.

Informationen Uber die einzelnen Komponenten, Erweiterungen und Zubehorteile sind beim ZEISS
Vertriebs- und Servicepartner erhaltlich. Die Dokumentation von Fremdherstellern ist ebenfalls zu
beachten.

= Axiocam 202 mono
= Axiocam 208 color
= Multidiskussionssysteme

Kontakt

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an lhren 6rtlichen ZEISS Vertriebs- und Service-
partner oder an eine der folgenden Adressen:

Hauptsitz
Telefon: +49 1803 33 63 34
Fax: +49 3641 64 3439
E-Mail: info.microscopy.de@zeiss.com

Mikroskopiekurse, -schulungen und -ausbildung

Informationen Uber Mikroskopiekurse, -schulungen und -ausbildung sind Gber das Kontaktfor-
mular auf unserer Homepage (https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/training-and-
education.html#contact) erhaltlich.

ZEISS Portal

Das ZEISS Portal (https:/portal.zeiss.com/) bietet verschiedene Dienste und Funktionen, die Ihnen
die tagliche Arbeit mit Ihren ZEISS-Systemen (Hardware und Software) vereinfachen. Es wird
laufend verbessert und weiterentwickelt, um Ihre Bedurfnisse und Anforderungen noch besser zu
erfullen.

ZEISS Vertriebs- und Servicepartner

Einen ZEISS Vertriebs- und Servicepartner in Ihrer Nahe finden Sie unter https:/www.zeiss.de/
mikroskopie/website/forms/sales-and-service-contacts.html.

Service Deutschland

Telefon: +49 7364 20 3800
Fax: +49 7364 20 3226
E-Mail: service.microscopy.de@zeiss.com
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2 Sicherheit

2.1

Dieses Kapitel enthalt allgemeine Anforderungen an sichere Arbeitsverfahren. Jede Person, die das
Mikroskop benutzt oder mit dessen Installation oder Wartung beauftragt ist, muss diese allge-
meinen Sicherheitshinweise lesen und beachten. Die Kenntnis grundlegender Sicherheitshinweise
und -anforderungen ist Voraussetzung fur einen sicheren und stérungsfreien Betrieb. Die Betriebs-
sicherheit des gelieferten Mikroskops ist nur dann gewahrleistet, wenn es bestimmungsgemaf’
betrieben wird.

Sind Arbeiten mit Restrisiken verbunden, so wird dies in den entsprechenden Teilen dieses Doku-
ments in einem besonderen Hinweis erwahnt. Komponenten, die mit besonderer Vorsicht behan-
delt werden mussen, sind mit einem Warnaufkleber versehen. Diese Warnungen mussen immer
beachtet werden.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Mikroskop und seinen Bauele-
menten auftritt, ist an die folgenden Einrichtungen zu melden:

= die zustandige Behorde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender seinen Sitz hat

= ZEISS
— fur Anwender in der EU:
Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, Deutschland
— fur Anwender aufSerhalb der EU:
Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd., Suzhou, China

Verwendungszweck

Die Mikroskope Axiolab 5 sind Instrumente flr die allgemeine mikroskopische Bildgebung im
Rahmen der In-vitro-Untersuchung verschiedener biologischer Proben, einschliefslich solcher, die
Menschen oder Tieren entnommen wurden. Diese Bildgebung bietet Informationen fir die
weitere Beurteilung physiologischer und pathologischer Zustande.

Die Mikroskope sind ausschliefslich fir die Verwendung durch ausgebildete Fachkrafte bestimmt.
Die Mikroskope vom Typ Axiolab 5 umfassen:

= Axiolab 5 Bio-DL (430037-9011-000, 430037-9110-000, 430037-9060-000)

= Axiolab 5 Bio-DL/FL (430037-9021-000, 430037-9120-000, 430037-9070-000)

= Axiolab 5 Pol-DL (430037-9130-000)

Die Mikroskope Axiolab 5 materials sind universell einsetzbare Mikroskope fiir Anwendungen wie
Materialanalysen. Sie sollen weder direkt noch indirekt medizinische Diagnoseergebnisse
erzeugen.

Die Mikroskope vom Typ Axiolab 5 materials umfassen:
= Axiolab 5 Pol-DL/Konoskopie (430037-9042-000)

= Axiolab 5 Pol-DL/AL (430037-9032-000)

= Axiolab 5 Mat-DL/AL (430037-9052-000)

Info

Die Katalognummer ist auf dem Typenschild vermerkt; siehe Aufkleber und Leuchten [» 16].

Unsachgemafer Gebrauch des Mikroskops und seiner Komponenten kann leicht zu einer Beein-
trachtigung der Funktion oder sogar zur Beschadigung der Komponenten fliihren. Fir Schaden,
die durch unsachgemafse Bedienung, Nachlassigkeit oder unbefugte Eingriffe, insbesondere durch
Entfernen, Verandern oder Auswechseln von Teilen des Mikroskops oder seiner Komponenten,
verursacht werden, Gbernimmt der Geratehersteller keine Haftung. Gerate oder Komponenten
Dritter, die nicht ausdricklich von ZEISS genehmigt wurden, dlrfen nicht verwendet werden.
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2.2

2.2.1

Schulung

2.2.2

Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Dokument muss vor der Inbetriebnahme gelesen werden, um einen sicheren und stérungs-
freien Betrieb zu gewahrleisten. Insbesondere sind alle aufgeflihrten Sicherheitshinweise zu
beachten. Es ist sicherzustellen, dass

= das Bedienpersonal dieses Handbuch, die zugehdorigen Dokumente und insbesondere alle
Sicherheitsvorschriften und Anweisungen gelesen und verstanden hat und anwendet;

= die lokalen und nationalen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sowie die im jewei-
ligen Land geltenden Gesetze und Vorschriften beachtet werden;

= dieses Dokument immer am Einsatzort des Mikroskops verflgbar ist;
= sich das Mikroskop stets in einem einwandfreien Zustand befindet;
= das Mikroskop gegen Zugriff durch unbefugte Personen gesichert ist;

= Wartungs- und Reparaturarbeiten, Umbau, Ausbau oder Austausch von Komponenten sowie
jegliche Eingriffe in das Mikroskop, die nicht in diesem Dokument beschrieben sind, nur vom
Hersteller ZEISS oder von Personen durchgefiihrt werden, die von ZEISS ausdrcklich dazu
autorisiert wurden.

Anforderungen an Bediener

Das Mikroskop, seine Komponenten und Zubehdrteile durfen nur von autorisiertem und
geschultem Personal bedient und gewartet werden. Das Mikroskop darf nur entsprechend dem
vorliegenden Dokument verwendet werden. Wird das Mikroskop nicht wie beschrieben
verwendet, kann die Sicherheit des Benutzers beeintrachtigt werden und/oder das Mikroskop
kann beschadigt werden.

Jeglicher nicht autorisierte Eingriff und jegliche nicht bestimmungsgemafe Verwendung fuhren
zum Erldschen aller Gewahrleistungsanspriche. Die regionalen Vorschriften zum Gesundheits-
schutz und zur UnfallverhtGtung missen jederzeit und bei allen Arbeiten an und mit dem Mikro-
skop beachtet werden.

Autorisierte Mitarbeiter von ZEISS werden eine Grundlagenschulung zur Bedienung des Mikro-
skops durchfuhren sowie Informationen zur Geratesicherheit und den Wartungsarbeiten vermit-
teln, die vom Betreiber im Rahmen der Inbetriebnahme durchzufiihren sind. Die Schulung wird
von ZEISS dokumentiert, und ihr Abschluss ist vom Bediener zu bestatigen.

Gegen GebUhr werden spezielle Anwendungsschulungen angeboten. Aktuelle Schulungstermine,
weitere Informationen und das Anmeldeformular sind unter https:/www.zeiss.com/microscopy/
int/service-support/training-and-education.html abrufbar.

Sichere Betriebsbedingungen

Treten Umstande auf, welche die Sicherheit beeintrachtigen und Veranderungen im Betriebsver-
halten bewirken, ist das Mikroskop sofort auf3er Betrieb zu setzen und ein ZEISS-Servicevertreter
zu benachrichtigen.

Das Mikroskop darf nur betrieben werden, wenn die Betriebsbedingungen eingehalten werden.

= Das Mikroskop erst in Betrieb nehmen, nachdem die gesamte Dokumentation vollstandig
gelesen und verstanden wurde.

= Sicherstellen, dass alle Schutzabdeckungen angebracht und alle Warnaufkleber vorhanden
und lesbar sind.

= Voraussetzungen schaffen und MafSnahmen ergreifen, um die Entstehung elektrostatischer
Aufladungen am Arbeitsplatz zu verhindern.
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2.2.3

2.2.4

2.25

Ersatzteile bestellen und verwenden

Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von ZEISS bereitgestellt wurden, kann gefahrlich sein
und/oder zu Sachschaden fihren.

= Sofern von ZEISS nicht anderweitig genehmigt, mussen alle Ersatzteile von einem autorisierten
ZEISS-Servicevertreter installiert werden.

= Informationen zur Ersatzteilbestellung halt der ZEISS-Servicevertreter bereit.
= FUr Servicearbeiten am Mikroskop durfen nur Originalteile von ZEISS verwendet werden.

EMV-Hinweise

Mikroskope vom Typ Axiolab 5 sind flir den Einsatz in einer hauslichen Pflegeumgebung vorge-
sehen.

Mikroskope vom Typ Axiolab 5 materials sind fur den Einsatz in einer industriellen elektromagneti-
schen Umgebung vorgesehen.

Wird vermutet, dass die Leistung durch elektromagnetische Interferenzen beeinflusst wird, kann
ein ordnungsgemafer Betrieb eventuell wiederhergestellt werden, wenn der Abstand zwischen
dem Gerat und der Storquelle vergrofRert wird.

Die Verwendung dieses Mikroskops in einer trockenen Umgebung, insbesondere wenn syntheti-
sche Materialien (Kleidung, Teppiche usw. aus Kunstfasern) vorhanden sind, kann zu elektrostati-
schen Entladungen flhren, die fehlerhafte Ergebnisse verursachen kdnnen.

Das EMV-Verhalten entspricht in den standardisierten Konfigurationen der Klasse 1B fir EMI
gemals CISPR 11 und einfachen elektromagnetischen Umgebungen fur elektromagnetische
Empfindlichkeit (EMS). Bei Verwendung von externen Komponenten/externem Zubehor kann es
zu einer Verschlechterung kommen.

Der folgende EMV-Anwenderhinweis gilt nur fir Korea:
7154 AERHFLIE
BZ7171 (7S & L& S 417|XHAH) ol 7|17|1= 7tHE2) ™
=2 oM A8 3HE g %aog 3t
)

M, ZE X|HolM A

Im Zweifelsfall einen ZEISS-Servicevertreter kontaktieren.

Gruppierung der optischen Risiken

Nach EN 62471 werden Quellen optischer Strahlung entsprechend ihrem photobiologischen
Gefahrdungspotential in Risikogruppen eingeteilt. Lichtquellen werden je nach Gefahrdung in die
folgenden vier Gruppen eingeteilt, die auf dem Emissionsgrenzwert sowie der zulassigen Expositi-
onszeit bis zum Uberschreiten der Gefahrenschwelle aufbauen.

Risikogruppe Beschreibung

Ausgenommen Keine photobiologische Gefahrdung

1 Keine Gefahrdung, auch nicht bei andauernder Exposition im Referenzab-
stand
2 Keine Gefdhrdung aufgrund von Abwehrreaktionen gegenuber sehr hellen

Lichtquellen oder durch thermisches Unbehagen

3 Gefahrlich auch bei kurzzeitiger Exposition
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2.2.6

2.3

2.3.1

Sachschaden durch
Transport

2.3.2

Gefahrdungen
durch elektrische
Spannung

Die folgende Tabelle flihrt die Risikogruppierung der verfligbaren Lichtquellen/Beleuchtungsein-
heiten entsprechend der erwahnten Norm auf:

Lichtquelle/Beleuchtungseinheit Risikogruppe
LED-Modul 385 nm 3 (hohes Risiko)
LED-Module 470 nm, 505 nm, 565 nm, 2 (mafiges Risiko)
625 nm

Lebensdauer

Ein Mikroskop ist ein optoelektronisches Gerat. Seine Nutzbarkeit wird stark durch die durchge-
fUhrte Wartung bestimmt. ZEISS gewahrleistet die Moglichkeit fir Wartung und Reparatur in
einem Zeitraum von acht Jahren nach Inbetriebnahme. Dies wird durch ein entsprechendes
Service- und Ersatzteilkonzept gewahrleistet und stellt so den Verwendungszweck in diesem Zeit-
raum sicher.

Vermeidung von Gefahren

In diesem Abschnitt sind potenzielle Gefahrdungen und empfohlene Sicherheitsmalinahmen
zusammengefasst. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu
Personen- und Sachschaden flihren.

Mechanische Gefdahrdungen

Bei unsachgemafSer Handhabung und unsachgemafem Transport des Mikroskops besteht die
Gefahr von Verletzungen und Sachschaden.

= Zum Transport des Mikroskops nur den Handgriff verwenden, falls vorhanden. Andernfalls das
Mikroskop mit einer Hand und die Grundplatte mit der anderen Hand halten.

Gefahrdungen durch elektrischen Strom

Gefahr eines Stromschlags bei Kontakt mit stromfliihrenden Teilen.

Das Mikroskop muss Uber das mitgelieferte Stromversorgungskabel an eine ordnungsgemaf(’
installierte Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden. Die Durchgangigkeit des Schutz-
leiters darf nicht durch die Verwendung von Verlangerungskabeln beeintrachtigt werden.

Abnehmbare Stromversorgungskabel dirfen nicht durch Kabel mit unzureichend bemessener Leis-
tung ersetzt werden. Immer die von ZEISS gelieferten Stromversorgungskabel benutzen. Bei
Verwendung eines ungeeigneten Stromversorgungskabels kann ZEISS die elektrische Sicherheit
und Funktion des Mikroskops nicht mehr gewahrleisten.

= Das Mikroskop ausschalten, wenn es nicht benutzt wird.
= Das Gerat vor Beginn der Reinigung von der Elektrizitatsversorgung trennen.

= Das Mikroskop muss so aufgebaut und betrieben werden, dass die Steckverbinder leicht
zuganglich sind.

= Das Mikroskop so aufstellen, dass das Stromversorgungskabel jederzeit leicht aus der Steck-
dose gezogen werden kann.
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233

Explosionsgefahr

Schmutz, Staub
und Feuchtigkeit

2.3.4
Pravention von

Muskel-Skelett-
Erkrankungen

2.35

Infektionsgefahr

Biologische
Gefdhrdungen

Gefahrdungen
durch Verbrauchs-
materialien

Gefahr von
Hautreizungen

Gefahrdungen durch die Betriebsumgebung

Die im Lieferumfang enthaltenen Gerate nicht in einer explosionsgefahrdeten Atmosphare, in der
Nahe von flichtigen Andsthetika oder brennbaren Lésungsmitteln wie Alkohol, Benzin oder ahnli-
chen Substanzen betreiben.

Keine brennbaren oder leicht entziindlichen Materialien in den Lichtstrahl halten.
Schmutz, Staub und Feuchtigkeit kénnen die Funktion des Mikroskops beeintrachtigen.

= Das Mikroskop ausschalten und mit einer Staubschutzhille abdecken, wenn es nicht benutzt
wird.

*  Nicht benutzte Offnungen/Anschliisse stets mit der entsprechenden Systemkomponente oder
mit Blindkappen abdecken.

= Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind regelmafig entsprechend den Anweisungen im vorlie-
genden Dokument und in der zugehdrigen Betriebsanleitung fir das Stativ durchzufuhren.

= Das Mikroskop niemals unzulassigen klimatischen Bedingungen aussetzen (hohe Luftfeuchtig-
keit und Temperatur).

Gefahrdungen am Arbeitsplatz

Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) treten im Bereich der Muskeln, Nerven, Blutgefafse, Bander
und Sehnen auf. Arbeitnehmer in unterschiedlichen Branchen und Berufen kénnen bei der Arbeit
Risikofaktoren ausgesetzt sein. Dazu gehéren das Heben schwerer Gegenstande, Biicken, Uber-
kopfgreifen, Schieben und Ziehen schwerer Lasten, Arbeiten in ungliinstigen Koérperhaltungen und
das wiederholte Ausfliihren gleicher oder ahnlicher Aufgaben. Arbeitgeber sind fur die Sicherstel-
lung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes flr ihre Arbeitnehmer verantwortlich.

Gefahrdungen durch Materialien und Substanzen

Bei direktem Kontakt mit den Okularen kénnen bakterielle und virale Infektionen Ubertragen
werden.

= Dieses Risiko lasst sich durch Verwendung personlicher Okulare oder Augenmuscheln verrin-
gern. Ist eine haufige Desinfektion von Okularen erforderlich, so empfiehlt die Firma ZEISS, die
Okulare ohne Augenmuschel zu verwenden.

= Zur Vermeidung von Infektionen wird die Verwendung von personlicher Schutzausristung
(PSA), z. B. Handschuhe, zum Betrieb, zur Reinigung und Dekontamination dringend
empfohlen. Zur Verringerung der Kontaminationsgefahr kdnnen Einweghandschuhe z. B. mit
Alkohol dekontaminiert werden oder sollten haufig gewechselt werden.

Biologische Substanzen/Wirkstoffe konnen eine Gefahr fir die Gesundheit von Menschen und
anderen Lebewesen darstellen.

= Die bei der Arbeit mit dem Mikroskop eingesetzten bekannten biologischen Substanzen/Wirk-
stoffe protokollieren und dem ZEISS-Servicevertreter das Protokoll vorlegen, ehe er mit
Arbeiten am Mikroskop beginnt.

Die unsachgemafse Handhabung von Verbrauchsmaterialien und Reinigungsmitteln kann zu Sach-
schaden oder Haut- und Augenverletzungen flihren. Verbrauchsmaterialien, die nicht von ZEISS
genehmigt sind, kdnnen zu Sachschaden flihren. Welche Verbrauchsmaterialien bestellt werden
kénnen und wie damit umzugehen ist, kann beim ZEISS Vertriebs- und Servicepartner erfragt
werden.

Das Immersionsmittel kann Hautreizungen verursachen.

= Jeglichen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

= Das Sicherheitsdatenblatt zum Immersionsmittel lesen und die Anweisungen befolgen.
= Bei Hautkontakt das Ol mit viel Wasser und Seife abwaschen.

= Bei Augenkontakt die Augen mindestens 5 Minuten lang mit reichlich Wasser spulen. Einen
Facharzt konsultieren, falls die Reizung anhalt.
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Gefahrliche
Substanzen

2.3.6
Gefdhrdungen

durch optische
Strahlung

Gefahrdungen

durch elektroma-

gnetische
Strahlung

2.3.7

Verbrennungs-
gefahr

Warmestau

24

Das Mikroskop und andere Bauelemente kdnnen mit verschiedenen Proben und Substanzen in
BerGihrung kommen, die eine Gefahr fur Menschen und Umwelt darstellen.

= Esist sicherzustellen, dass das Mikroskop nicht mit gefahrlichen Substanzen in Berlhrung
gekommen ist (das Laborprotokoll prifen). War dies der Fall, muss das Mikroskop gereinigt/
dekontaminiert/desinfiziert werden.

= Die Komponenten missen auch gepruft werden. Falls erforderlich, diese Komponenten
aulerst sorgfaltig reinigen. Kontaminierte/infizierte Komponenten, die nicht ausreichend
gereinigt werden konnen, missen entsprechend beschriftet werden.

= Kontaminierte Teile dlrfen an keine ZEISS Abteilung zurlickgeschickt werden. Dekontami-
nierte Teile kdnnen zusammen mit einer unterzeichneten , Dekontaminierungserklarung des
Kunden” an ZEISS geschickt werden.

= Handschuhe tragen.

Gefahrdungen durch Strahlung

Gasentladungslampen, LED-Leuchten und andere Weif3lichtquellen emittieren starke optische
Strahlung (z. B. UV, VIS, IR). Optische Strahlung kann zu Schaden an Haut und Augen fuhren. Das
Ausmal$ der Schadigung hangt von Parametern wie Wellenlange, Dauer der Einwirkung,
Betriebsart (kontinuierlich oder gepulst) usw. ab.

= Augen und Haut keiner Strahlung aussetzen.

= Keine reflektierenden Objekte in den Strahlengang einfihren.

= Niemals Abdeckkappen oder -blenden wahrend des Betriebs entfernen.
= Keine Elemente des Interlocksystems deaktivieren.

= Bei Bedarf geeignete Schutzausristung/Schutzkleidung verwenden.

Das Mikroskop kann zu Funkstérungen flhren, die durch Umstellen oder Neuausrichten des
Gerats vermindert werden kénnen. Die Verwendung nicht spezifizierten Zubehors, einschlief3lich
Kabeln oder anderer Hilfskomponenten aus dem Bereich der Informationstechnologie, kann zu
vermehrten elektromagnetischen Emissionen und einer erhéhten Anfalligkeit flr Interferenzen
fuhren. Einbauten in das System kdnnen sich negativ auf das EMV-Verhalten auswirken.

Thermische Gefahrdungen

Heille Oberflachen, Strahlung und/oder aggressive Chemikalien kdnnen Verbrennungen verursa-
chen.

= Geeignete Schutzausriistung/Schutzkleidung verwenden, sofern vorgeschrieben.
= Stets die Abkuhlzeit der heifBen Oberflachen beachten.

Werden die Liftungsoffnungen abgedeckt, kann ein Warmestau entstehen, der zu Schaden am
Mikroskop und seinen Komponenten und im Extremfall zu einem Brand flihren kann.

= Die L0ftungsoffnungen mussen immer frei bleiben.

= Keine Gerate oder Offnungen abdecken, die Warme abgeben.
= Die Beluftung darf nicht behindert werden.

= Mindestabstande zu Wanden einhalten.

Aufkleber und Leuchten

In diesem Kapitel sind Aufkleber und gegebenenfalls Signalleuchten dargestellt.

Alle mit speziellen Gefahrdungen verbundenen Teile sind durch Warnaufkleber gekennzeichnet.
Immer alle Warnaufkleber beachten!

= Uberprufen, ob alle Warnaufkleber vorhanden und lesbar sind.

= Beschadigte oder unleserliche Warnaufkleber unverziglich ersetzen.

Sollte ein Aufkleber fehlen, den ZEISS-Servicevertreter fur einen kostenlosen Ersatz kontaktieren.
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2.4.1 Aufkleber auf dem Axiolab 5

Abb. 1: Positionen der Warnaufkleber am Axiolab 5 fiir Durchlicht und Auflicht

Nur fur
Auflicht.

Aufkleber oder Leuchte

A CAUTION

[o]

LED RADIATION

Do not stare at

perating lamp.

May be harmful
to the eyes.

A CAUTION

o]

UV RADIATION

Do not stare at

perating lamp.

May be harmful
to the eyes.

p
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wil carl zeiss Suzhou Co., Ltd.
Modern Industrial Square 3-B, No.333, XingPu Road SIP
215126 Suzhou, China

Erklarung

VORSICHT
LED-Strahlung

Nicht in die eingeschaltete Lampe blicken.
Kann zu Augenschaden flhren.

Nur bei Verwendung der LED 385 nm:
VORSICHT

UV-Strahlung

Nicht in die eingeschaltete Lampe blicken.
Kann zu Augenschaden flhren.

UDI-Aufkleber

Typenschild des Mikroskops

Typenschild des Mikroskops

gilt nicht fir Mikroskope vom Typ Axiolab 5
materials

Typenschild des Mikroskops

gilt nur fr Mikroskope vom Typ Axiolab 5
materials
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Pos. Aufkleber oder Leuchte Erklérung

HeilSe Oberflachel
Nicht berthren.

| 6 | . Axiolab 5, Axiolab 5 materials
Carl Zeiss
EU-Vertreter
Carl Zeiss Microscopy GmbH
Cerl Zeiss Microscopy GmbH Carl-Zeiss-Promenade 10
- Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena, Germany 07745 Jena, Deutschland
Die Sicherheitshinweise in der Betriebsanlei-
tung und in den mitgelieferten Dokumenten
beachten.

2.5 Sicherheitsvorrichtungen und Sicherheitsverriegelungen

Zur Vermeidung von Verletzungen und/oder Sachschaden ist das Mikroskop mit mehreren Sicher-
heitsvorrichtungen und Sicherheitsverriegelungen ausgestattet. Bei Defekt oder Beschadigungen
sind die betroffenen Teile und das Mikroskop sofort aufser Betrieb zu nehmen und gegen unbeab-
sichtigte Benutzung zu sichern.

Zur Uberprifung der Sicherheit des Mikroskops an den ZEISS-Servicevertreter wenden und die
Serviceprotokolle und Logbtcher aufbewahren.
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3 Produkt- und Funktionsbeschreibung

Das Axiolab 5, Axiolab 5 materials ist ein Durchlichtmikroskop in kompakter Bauweise mit kleiner
Standflache. Das Mikroskop bietet hochauflésende, auf Unendlich korrigierte Objektive fur Durch-
licht- und Auflichtverfahren, je nach Mikroskoptyp.

Abhdngig von der Konfiguration des Mikroskops sind die folgenden Mikroskopier- und Kontrast-
verfahren verfligbar:

Durchlicht (DL)

Auflicht (AL) =

Hellfeld (HF) [» 44]

Dunkelfeld (DF) [» 44]
Phasenkontrast (Ph) [ 44]
Polarisation (Pol) [» 45]
Polarisation (Konoskopie) [» 49]
Hellfeld (HF) [» 49]

Dunckelfeld (DF) [» 50]
Polarisation (Pol) [» 50]
Fluoreszenz (FL) [» 50]

Folgende Mikroskoptypen sind erhaltlich:

Axiolab 5 Bio-DL Durchlichtstativ fur die Biowissenschaften

Axiolab 5 Bio-DL/FL Durchlicht- und Auflichtfluoreszenzstativ fir die Biowissenschaften
Axiolab 5 Pol-DL Durchlichtstativ fir Polarisation

Axiolab 5 Pol-DL/Kono- Durchlichtstativ fir Polarisation/Konoskopie

skopie

Axiolab 5 Pol-DL/AL Durchlicht- und Auflichtstativ fur Polarisation
Axiolab 5 Mat-DL/AL  Durchlicht- und Auflichtstativ flr Materialuntersuchungen

Typische Axiolab 5

Anwendungen

Untersuchungen von Blut- und Gewebeproben aus dem menschlichen Kérper oder pflanzli-
chen oder tierischen Ursprungs

medizinische Untersuchungen in Laboratorien, Krankenhausern und Arztpraxen
akademische und praktische Ausbildung in Medizin und Biologie

industrielle Anwendungen, z. B. in den Bereichen Pharma, Lebensmitteltechnologie und
Abwasseruntersuchung

Axiolab 5 materials

metallografische Laboratorien
Kfz-Branche
Mikrosystemtechnik
geowissenschaftliche Institute

Mineralexplorationsbranche

Info

Zusatzliche Informationen (ber die Hardware-Konfiguration und optionalen Erweiterungen
erhalten Sie bei Ihrem zustandigen Zeiss Vertriebs- und Servicepartner.
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3.1 Hauptkomponenten

3.1.1 Axiolab 5 Bio-DL

Abb. 2: Hauptkomponenten — Axiolab 5 Bio-DL

Bl okulare [ 38] Binokularer Tubus [» 35]
Stativ Bio/DL W «Kreuztisch [» 41]

BEl «ondensor [» 40]
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3.1.2 Axiolab 5 Bio-DL/FL

Abb. 3: Hauptkomponenten — Axiolab 5 Bio-DL/FL

Bl okulare [ 38] Binokularer Tubus [» 35]
Stativ Bio-DL/FL W «Kreuztisch [» 41]

BEl «ondensor [» 40]
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3.1.3 Axiolab 5 Pol-DL

Abb. 4: Hauptkomponenten — Axiolab 5 Pol-DL
Bl okulare [ 38] Binokularer Tubus [ 35]

Stativ Pol-DL I Drehtisch [» 41]
BEl «ondensor [» 40]
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3.1.4 Axiolab 5 Pol-DL/Konoskopie

Abb. 5: Hauptkomponenten — Axiolab 5 Pol-DL/Konoskopie

Bl okulare [ 38] Binokularer Tubus [» 35]
Stativ Pol-DL/Konoskopie W Drehtisch [» 41]

BEl «ondensor [» 40]
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3.1.5 Axiolab 5 Pol-DL/AL

Abb. 6: Hauptkomponenten — Axiolab 5 Pol-DL/AL

Bl ockulare [ 38] Binokularer Tubus [» 35]
Stativ Pol-DL/AL W Drehtisch [» 41]

BEl «ondensor [» 40]
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3.1.6 Axiolab 5 Mat-DL/AL

Abb. 7: Hauptkomponenten — Axiolab 5 Mat-DL/AL

Bl okulare [ 38] Binokularer Tubus [» 35]
Stativ Mat-D/AL W «Kreuztisch [» 41]

BEl «ondensor [» 40]
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3.2 Funktions- und Steuerelemente von Komponenten

3.2.1 Axiolab 5 Stativ Bio-DL

Dieser Abschnitt zeigt die Funktions- und Bedienelemente des Stativs Bio-DL.

p

P,
Abb. 8: Funktions- und Bedienelemente — Stativ Bio-DL

Tragegriff

Werkzeugfach/Kabelhalter

Durchlichtbeleuchtung (innenliegend) Intensitats-/LM-Knopf

Signalleuchte Permanent-/ECO-Modus-Schalter

Fokussiermechanismus — Grobtrieb
(rechte Seite)

Fokussiermechanismus — Feintrieb

(rechte Seite, Fingerrad)
Ausloseknopf (rechte Seite) Leuchtfeldblende
Kondensortrdger [» 39] Probentischtrager fir Kreuztische

Fokussiermechanismus — Grobtrieb
(linke Seite)

Ausloseknopf (linke Seite)
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EEl rokussiermechanismus — Feintrieb (linke [Jlf@ Netzschalter Ein/Aus

Seite)
Objektivrevolver [» 39] mit 5 Posi- EER Aufnahmeschlitz fir Schieber
tionen HF 6 x 20 mm

3.2.2 Axiolab 5 Stativ Bio-DL/FL

Dieser Abschnitt zeigt die Funktions- und Bedienelemente des Stativs Bio-DL/FL.

\ J
Abb. 9: Funktions- und Bedienelemente — Stativ Bio-DL/FL

BEB LED-Auswahlknopf fir 3 Positionen FL-LED-Auflichtbeleuchtung

(UV, B, G)
Werkzeugfach/Kabelhalter I3 Durchlichtbeleuchtung (innenliegend)
B Intensitats-/LM-Knopf n Knopf Auflicht (AL) und Signalleuchte
fur Auflicht
Knopf Durchlicht (DL) und Signal- BEM Permanent-/ECO-Modus-Schalter

leuchte fur Durchlicht
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Fokussiermechanismus — Feintrieb Fokussiermechanismus — Grobtrieb

(rechte Seite, Fingerrad) (rechte Seite)
Ausléseknopf (rechte Seite) Objektivrevolver mit 5 Positionen HF

Aufnahmeschlitz fir Schieber
6 x20 mm

Leuchtfeldblende

Fokussiermechanismus — Grobtrieb
(linke Seite)

Ausloseknopf (linke Seite)

Kondensortrager [EIA3 Probentischtrager fir Kreuztische

Fokussiermechanismus — Feintrieb (linke Netzschalter Ein/Aus

Seite)

- Yy N
N W -

»AM Reflektorrevolver mit 4 Positionen

3.2.3 Axiolab 5 Stativ Pol-DL

Dieser Abschnitt zeigt die Funktions- und Bedienelemente des Stativs Pol-DL.

Abb. 10: Funktions- und Bedienelemente — Stativ Pol-DL
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-
N

Tragegriff
Durchlichtbeleuchtung (innenliegend)
Signalleuchte

Fokussiermechanismus — Feintrieb
(rechte Seite, Fingerrad)

Ausloseknopf (rechte Seite)

Probentischtrager flr Drehtische
Ausloseknopf (linke Seite)
Fokussiermechanismus — Feintrieb (linke

Seite)

Objektivrevolver mit 5 Positionen HF

Werkzeugfach/Kabelhalter
Intensitats-/LM-Knopf
Permanent-/ECO-Modus-Schalter

Fokussiermechanismus — Grobtrieb
(rechte Seite)

Leuchtfeldblende

Kondensortrager mit montiertem Polari-
sator

Fokussiermechanismus — Grobtrieb
(linke Seite)

Netzschalter Ein/Aus

Aufnahmeschlitz fur Schieber
6 x 20 mm
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3.2.4 Axiolab 5 Stativ Pol-DL/Konoskopie

Dieser Abschnitt zeigt die Funktions- und Bedienelemente des Stativs Pol-DL/Konoskopie.

Abb. 11: Funktions- und Bedienelemente — Stativ Pol-DL/Konoskopie

Bl ragegriff

6 x20 mm

Drehknopf A
Signalleuchte

Fokussiermechanismus — Feintrieb
(rechte Seite, Fingerrad)

-
w

Ausloseknopf (rechte Seite)

-

Leuchtfeldblende

Aufbewahrungsfach fur einen Schieber

Durchlichtbeleuchtung (innenliegend)

Aufbewahrungsfach fir einen Schieber
6 x 20 mm

Werkzeugfach/Kabelhalter

Drehknopf BL
Intensitats-/LM-Knopf
Permanent-/ECO-Modus-Schalter

Fokussiermechanismus — Grobtrieb
(rechte Seite)

Aufnahmeschlitz fur Schieber
6 x20 mm

Probentischtrager fur Drehtische (auch
fur Kreuztische geeignet)
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Kondensortrager mit montiertem Polari- [JlEJ Ausléseknopf (linke Seite)
sator

EEJ Fokussiermechanismus — Grobtrieb Fokussiermechanismus — Feintrieb (linke
(linke Seite) Seite)

Netzschalter Ein/Aus Stellrad fir die Polarisationsrichtung des

Analysators

[EE] Sstellrad zur Fokussierung der Bertrand- Objektivrevolver mit 5 Positionen HF Pol
Linse (4 x zentrierbar, 1 x fest)

3.2.5 Axiolab 5 Stativ Pol-DL/AL

Dieser Abschnitt zeigt die Funktions- und Bedienelemente des Stativs Pol-DL/AL.

N

[ L

°

Abb. 12: Funktions- und Bedienelemente — Stativ Pol-DL/AL

BEl Leuchtfeldblende Auflicht (zentriert) Aperturblende Auflicht (zentriert)
Auflichtbeleuchtung Il Werkzeugfach/Kabelhalter
BEl Durchlichtbeleuchtung (innenliegend) I intensitits-/LM-Knopf

p.
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Knopf Auflicht (AL) und Signalleuchte n Knopf Durchlicht (DL) und Signal-
far Auflicht leuchte fur Durchlicht

Permanent-/ECO-Modus-Schalter [EIJ Fokussiermechanismus — Feintrieb
(rechte Seite, Fingerrad)

EEN rokussiermechanismus — Grobtrieb [EEJ Ausléseknopf (rechte Seite)
(rechte Seite)
[EEJ Aufnahmeschlitz fiir Schieber E3 Leuchtfeldblende
6 x 20 mm
[EEJ Probentischtrager fiir Drehtische (auch [l Kondensortrager mit montiertem Polari-
fur Kreuztische geeignet) sator
Ausléseknopf (linke Seite) EEJ Fokussiermechanismus — Grobtrieb
(linke Seite)
EEJ Fokussiermechanismus — Feintrieb (linke [EXiJ] Netzschalter Ein/Aus
Seite)
[EXl Reflektorrevolver mit 4 Positionen [EZ3 Objektivrevolver mit 5 Positionen HF DF
Pol
[EE] Aufnahmeschlitz fiir Polarisatorschieber [EZ8] Aufnahmeschlitz fiir Filterschieber mit
6 x 30 mm, Auflicht (Schieber einge- 2 Positionen, Auflicht (abgedeckt)
setzt)

32 Betriebsanleitung ZEISS Axiolab 5, Axiolab 5 materials | de | Rev. 9 | 430037-7444-000



ZEISS 3 Produkt- und Funktionsbeschreibung | 3.2 Funktions- und Steuerelemente von Komponenten

3.2.6 Axiolab 5 Stativ Mat-DL/AL

Dieser Abschnitt zeigt die Funktions- und Bedienelemente des Stativs Mat-DL/AL.

i

A
[ L

-

J
Abb. 13: Funktions- und Bedienelemente — Stativ Mat-DL/AL

BEl Lcuchtfeldblende Auflicht (zentriert) Aperturblende Auflicht (zentriert)
Auflichtbeleuchtung I Werkzeugfach/Kabelhalter
Durchlichtbeleuchtung (innenliegend) [l Intensitats-/LM-Knopf

Knopf Auflicht (AL) und Signalleuchte [JEJl Knopf Durchlicht (DL) und Signal-
fur Auflicht leuchte flr Durchlicht

Permanent-/ECO-Modus-Schalter I Fokussiermechanismus — Feintrieb
(rechte Seite, Fingerrad)

(Kl Fokussiermechanismus — Grobtrieb EEl Ausléseknopf (rechte Seite)
(rechte Seite)

(El Aufnahmeschlitz fir Schieber El Leuchtfeldblende
6 x 20 mm
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[EEJ Kondensortrager [EIA Probentischtrager fir Kreuztische
Ausloseknopf (linke Seite) EE] Fokussiermechanismus — Grobtrieb
(linke Seite)

EEJ Fokussiermechanismus — Feintrieb (linke [EXiJ] Netzschalter Ein/Aus

Seite)
[EX] Reflektorrevolver mit 4 Positionen [EZ3 Objektivrevolver mit 5 Positionen HF DF
[EE] Aufnahmeschlitz fiir Polarisatorschieber [JEZ8] Aufnahmeschlitz fiir Filterschieber,

6 x 30 mm, Auflicht (Schieber einge- Auflicht (abgedeckt)

setzt)

3.2.7 Funktionen der Bedien- und Anzeigeelemente des Stativs

Bedienelement Aktion Funktion/Beschreibung

Netzschalter Ein/Aus | =Ein; O =Aus  Schaltet das Mikroskop ein/aus.
Permanent-/ECO- Umschalten Schaltet zwischen dem Permanent- (kontinu-
Modus-Schalter ierlichen) Modus und dem ECO-Modus der

Mikroskopbeleuchtung um.

= Permanentmodus aktiv: Beleuchtung ist
kontinuierlich eingeschaltet.

= ECO-Modus aktiv: Beleuchtung wird
ausgeschaltet, wenn 15 Minuten lang
keine Aktion erfolgt.

Den ECO-Modus nicht fir Experimente mit
Zeitserien oder Videoaufnahmen verwenden.

Signalleuchte Blinklicht*** Zeigt an, ob das Mikroskop im DL- oder AL-
Modus arbeitet.

AL-Knopf, DL-Knopf Kurz driicken* Schaltet die AL- bzw. DL-Beleuchtung ein und
aus.

Die jeweilige Signalleuchte leuchtet dauerhaft.

Intensitats-/LM-Knopf Drehen Steuert die Lichtintensitat der aktiven Licht-
quelle.
Lange Lichtmanager-Funktion:
dricken**

Speichert die Lichtintensitat; nach dem Spei-
chern wird die Beleuchtung 300 ms lang
ausgeschaltet (Dunkelheit zeigt dem
Anwender die Aktion an).

20 s lang Aktiviert die Werkseinstellungen (aktiviert/
gedriickt halten  deaktiviert die Lichtmanager-Funktion (LM)).

Die Signalleuchte beginnt nach 3 Sekunden
ROT zu blinken, bis 20 Sekunden erreicht sind.
Nach 20 Sekunden leuchtet die Signalleuchte

dauerhaft GRUN.
Linker Ausléseknopf Kurz drlicken* Nimmt ein Bild auf; wenn die Aufnahme
oder rechter Auslose- beendet ist, wird der angeschlossene Monitor
knopf (nur mit instal- 50 ms lang SCHWARZ.
lierter Axiocam 202 oder
208)
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3.2.8

3.2.8.1

Zweck

Position
Funktion

Bedienelement Aktion Funktion/Beschreibung
Lange Startet eine Videoaufnahme; mit einem
dricken** weiteren kurzen Drucken wird die Aufnahme

gestoppt. Nach Abschluss der Aufnahme wird
der angeschlossene Monitor 300 ms lang

SCHWARZ.
Ausloseknopf + Intensi-  Lange Schaltet die Lichtmanager-Funktion (LM) ein
tats-/LM-Knopf dricken** und aus:

(gleichzeitig) = Ausschalten: Die Signalleuchte blinkt
nacheinander GRUN / ORANGE / GRUN.
= Einschalten: Die Signalleuchte blinkt nach-
einander GRUN / GRUN / GRUN.
* Kurz driicken bedeutet: weniger als 1 Sekunde gedriickt halten, dann loslassen.
** Lange drlicken bedeutet: mindestens 1,5 Sekunden gedrickt halten.

*** Blinken: Die Signalleuchte schaltet sich in 500-ms-Intervallen ein und aus.
Binokulare Tuben

Binokularer Fototubus 30°/23 (50:50)

Binokulare Fototuben werden zum Betrachten des Mikroskopbildes durch die Okulare verwendet.
Uber den Kameraanschluss kann das Mikroskopbild an eine angeschlossene Kamera Ubertragen
werden.

Die binokularen Fototuben sind oben am Stativ montiert.

Die Pupillendistanz und die Einblickh6he kénnen mithilfe des binokularen Zwischenstlicks ange-
passt werden.

Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfligbar:
= Seitenverkehrtes Bild

= Kameraanschluss mit festem Lichtverlauf (50:50)

= Sehwinkel 30°

= Sehfeld 23 mm

Abb. 14: Binokularer Fototubus 30°/23 (50:50)

BEl oOkularfassung BEB Binokulares Zwischenstiick
BEEN Wwinkelskala Il Kameraanschluss (abgedeckt)
BEl ringschwalbenaufnahme
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3.2.8.2 Binokularer Fototubus 30°/23 (100:0/0:100)

Zweck Binokulare Fototuben werden zum Betrachten des Mikroskopbildes durch die Okulare verwendet.
Uber den Kameraanschluss kann das Mikroskopbild an eine angeschlossene Kamera Ubertragen
werden.

Position Die binokularen Fototuben sind oben am Stativ montiert.

Funktion Die Pupillendistanz und die Einblickhdhe kénnen mithilfe des binokularen Zwischenstlicks ange-
passt werden.

Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfugbar:

=  Seitenverkehrtes Bild

= Kameraanschluss mit schaltbarem Lichtverlauf (100:0/0:100)
= Sehwinkel 30°

= Okularverschluss

= Sehfeld 23 mm

Abb. 15: Binokularer Fototubus 30°/23 (100:0/0:100)
BEB Binokulares Zwischenstiick E3 \Winkelskala

BEN okularfassung Il Okularverschluss

= Justierstange eingeschoben: Okular-
verschluss geschlossen

= Justierstange herausgezogen:
Okularverschluss gedffnet
BEl Kameraanschluss I Auswahlknopf fur den Lichtverlauf

= Knopf nach vorne geschoben
(Augensymbol): 100 % Licht an die
Okulare

= Knopf nach hinten geschoben
(Kamerasymbol): 100 % Licht an die
Kamera

Ringschwalbenaufnahme
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3.2.8.3

Zweck

Position
Funktion

Binokularer Fototubus 20°/23 (100:0/0:100)

Binokulare Fototuben werden zum Betrachten des Mikroskopbildes durch die Okulare verwendet.

Uber den Kameraanschluss kann das Mikroskopbild an eine angeschlossene Kamera (ibertragen

werden.

Die binokularen Fototuben sind oben am Stativ montiert.

Die Pupillendistanz und die Einblickhohe kénnen mithilfe des binokularen Zwischenstlicks ange-

passt werden.
Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfugbar:
= Hohenrichtiges Bild

= Kameraanschluss mit schaltbarem Lichtverlauf (100:0/0:100)
= Sehwinkel 20°
= Sehfeld 23 mm

Abb. 16: Binokularer Fototubus 20°/23 (100:0/0:100)

BEl okularfassung BEB Binokulares Zwischenstiick
BEN \Winkelskala I3 Kameraanschluss
BEl  Auswahlischieber fiir Lichtverlauf I Ringschwalbenaufnahme

= Schieber eingeschoben: 100 %
Licht an die Okulare

= Schieber herausgezogen: 100 %
Licht an die Kamera. 100 % Licht
an die Kamera
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3.2.9 Okulare

Zweck
Position
Funktion

3.2.10

Zweck

Position

Die Okulare dienen zur Beobachtung des Mikroskopbildes.
Die Okulare werden in den Tubus eingeschoben.

Beide Okulare eignen sich fir Brillentrager. AufSerdem verfligen sie Uber einen Fokussierring zum
Dioptrienausgleich bei Fehlsichtigkeit. Die vorhandene Dioptrienskala hilft dabei, die richtige
Einstellung zu finden. Wird das Mikroskop flr Fluoreszenzanwendungen eingesetzt, kénnen die
speziellen Augenmuscheln mit Lichtschutz verwendet werden. Diese kdnnen jedoch nicht umge-
stulpt werden und sind nicht fir Brillentrager geeignet.

Abb. 17: Okular

BEB  Augenmuschel, wechselbar B Fokussierring
Zum Ausgleich von Fehlsichtigkeit

BEN Dioptrienskala
Zur Erleichterung der korrekten Einstel-

lung

Okulare mit Strichplatte

Die Okulare mit Strichplatte werden zur Beobachtung des Mikroskopbilds bei speziellen Mikrosko-
pieverfahren eingesetzt.

Die Okulare mit Strichplatte werden in den Tubus eingeschoben.

Die Okular-Strichplatten mussen unter staubfreien Bedingungen eingeschoben werden. Dies sollte
ausschlieSlich durch den ZEISS Service geschehen.

El—

Abb. 18: Okular mit montierter Strichplatte

BEB  Augenmuschel, wechselbar EB Dioptrienskala mit Nullpunkt
zur Erleichterung der korrekten Einstel-
lung
BEN rokussierring I3 Montageanschlag mit eingeschobener
zum Ausgleich von Fehlsichtigkeit Okular-Strichplatte
BEl Roter Punkt, kennzeichnet die Null- Il \WeiRer Punkt, kennzeichnet die Null-
Dioptrie-Stellung bei eingeschobener Dioptrie-Stellung ohne Strichplatte
Strichplatte
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3.2.11 Objektivrevolver mit Objektiven

Zweck Der Objektivrevolver dient zum Halten der Objektive sowie dazu, das gewlnschte Objektiv in den
Strahlengang zu drehen.

Position Der Objektivrevolver ist am oberen Teil des Stativs montiert.
Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfligbar:
= Objektivrevolver mit Anschraubgewinde M27 fur fiinf Objektive

= Eine Objektivposition ist fest, die vier anderen Positionen kdnnen mithilfe von jeweils zwei
Schrauben zentriert werden

= Aufnahmeschlitz fur Schieber 6 x 20 mm (Kompensatoren, Analysatoren, Viertel-Lambda-
platten oder Fluoreszenzabschirmung)

Abb. 19: Objektivrevolver mit Objektiven

BEB Zentrierschrauben, zwei Schrauben fur ~ [JEll Objektiv
jede zentrierbare Objektivposition

BEN Objektivrevolver I3 Griffrandel zum Drehen des Objektivre-
volvers

BEl Aufnahmeschlitz 6 x 20 mm

3.2.12 Kondensortrager

Zweck Am Kondensortrager ist der Kondensor befestigt.

Position Der Kondensortrager wird auf den Probentischtrager montiert.

Abb. 20: Kondensortrdger

BEB Réndelknopf fir die Hohenverstellung [l Sechskant-Zentrierschraube (links/
(links/rechts) rechts), optional: Randelschraube

PEN Orientierungsnut Il Federhaus

BEl Befestigungsschraube fir den Hhenan-
schlag
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3.2.13 Kondensoren

3.2.13.1 Kondensor 0,9/1,25 HF

Zweck Kondensoren dienen zur Optimierung der Durchlichtbeleuchtung. Der Kondensor 0,9/1,25 HF
wird flr Hellfeld-Anwendungen eingesetzt.

Position Der Kondensor wird auf den Kondensortrager des Stativs montiert.

o

Abb. 21: Kondensor 0,9/1,25 HF

El Hebel zum Einstellen der Aperturblende Frontoptik
Ringschwalbenaufnahme

3.2.13.2 Kondensor 0,9/1,25 HF, DF, Ph1, Ph2, Ph3 mit Modulatorscheibe

Zweck Kondensoren dienen zur Optimierung der Durchlichtbeleuchtung. Der Kondensor mit Modulator-
scheibe kann flr Hellfeld-, Dunkelfeld- und Phasenkontrast-Anwendungen verwendet werden.

Position Der Kondensor wird auf den Kondensortrager des Stativs montiert.

=
=

o

Abb. 22: Kondensor 0,9/1,25 HF, DF, Ph1, Ph2, Ph3 mit Modulatorscheibe
BEl Hebel zum Einstellen der Aperturblende Frontoptik

Kondensor 0,9/1,25 HF, optional I8 Ringschwalbenaufnahme
Kondensor 0,9/1,25 HF Pol

BEll Anzeigefeld fur die eingestellte Position  [Jf@l] Griffrandel zum Einstellen der Position
der Modulatorscheibe der Modulatorscheibe

Modulatorscheibe mit 5 Positionen fiir
Kondensormodule
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3.2.14 Probentische

3.2.14.1 Kreuztisch 75 x 50 R

Zweck Kreuztische werden zum Fixieren und Positionieren der zu untersuchenden Proben verwendet.
Position Die Kreuztische werden auf den Probentischtrager des Stativs montiert.

Funktion Die Probe wird mithilfe des Probenhalters auf dem Probentisch fixiert. Zu diesem Zweck ist der
Probenhalter mit einer Objektklammer versehen.

Die Probe wird mittels der beiden Koaxialantriebe fur die X- und Y-Richtung im Strahlengang posi-
tioniert. Der Einstellbereich ist am entsprechenden Nonius ablesbar.

Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfligbar:

= Kreuztisch

= Koaxialantriebe in X- und Y-Richtung auf der rechten Seite (R), optional auf der linken Seite (L)
= Verfahrbereich 75 x 50 mm

= Mit harteloxierter Oberflache

Il

/—ﬂ

./—ﬂ

Abb. 23: Kreuztisch 75 x 50 R

BEl Objektklammer BEB Rindelschraube (2 x) zur Befestigung
des Probenhalters am Probentisch
BEM Probenhalter fir zwei Objekttrager I3 Noniusskala zur Anzeige des Einstellbe-
76 x 26 reichs in X-Richtung

BEl Koaxial-Randelknopf fur Y-Einstellung  [Jfl] Koaxial-Réndelknopf fir X-Einstellung

Noniusskala zur Anzeige des Einstellbe-
reichs in Y-Richtung
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3.2.14.2

Zweck

Position
Funktion

3.2.15

Zweck

Position

Drehtisch Pol 360° mit Klemmvorrichtung

Drehtische werden zum Fixieren und Positionieren von Proben flr die Untersuchung unter polari-
siertem Licht verwendet.

Die Drehtische werden auf den Probentischtrager des Stativs montiert.
Die Probe wird mithilfe der Klemmvorrichtung auf dem Probentisch fixiert.
Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfugbar:

= 360°-Drehung mit Arretierung

= Rastpositionen alle 45°; mittels Drehknopf aktivier- und deaktivierbar

Abb. 24: Drehtisch Pol 360° mit Klemmvorrichtung

Bl Klemmvorrichtung BEB Rindelschraube als Feststellschraube,
360°-Drehung moglich

BEN Rastposition alle 45° Il Drehknopf zur Aktivierung und Deakti-

vierung der Rastung (auf der Unterseite)

Reflektorrevolver

Der Reflektorrevolver dient zur Aufnahme der P&C-Reflektormodule (Push und Click). AuRerdem
wird dartber das gewlinschte Reflektormodul im Strahlengang positioniert.

Der Reflektorrevolver ist am oberen Teil des Stativs oberhalb des Objektivrevolvers montiert.

Abb. 25: Reflektorrevolver mit 4 Positionen

BEl Griffrandel zur Positionierung des BEB Markierung am Griffrandel; zeigt an,
gewdlnschten Reflektormoduls im Strah- welches Reflektormodul sich im Strah-
lengang lengang befindet

BEN relder fiir die mitgelieferten Aufkleber;
die Aufkleber kdnnen mit der Filterkom-
bination des Reflektormoduls
beschriftet und auf das entsprechende
Feld geklebt werden
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3.2.16

Werkzeugfach

Zweck Im Werkzeugfach werden die Werkzeuge und das Stromversorgungskabel (fir den Transport

Position

3.3

aufgerollt) aufbewahrt.
Das Werkzeugfach befindet sich auf der Rickseite des Stativs.

Abb. 26: Werkzeugfach

BEl Deckelklappe BEB 'nnensechskantschliissel abgewinkelt
(3 mm)

BEM Zwei gerdndelte Innensechskant-
schltssel (1,5 mm)

Lichtmanager-Funktion

Die Lichtmanager-Funktion (LM) speichert die Verhaltnisse der eingestellten Lichtintensitaten flr
verschiedene Kombinationen von Objektiv- und Reflektorrevolver-Positionen einer bestimmten
Lichtquelle.

Wenn die Lichtintensitat einer Objektiv/Reflektor-Kombination geandert wird, verandern sich auch
die Lichtintensitaten der anderen Kombinationen entsprechend den eingestellten Verhaltnissen.

Dadurch wird sichergestellt, dass Anwender nicht wiederholt Lichtintensitaten flr jede Objektiv/
Reflektor-Kombination einstellen mUssen, wenn sie zwischen Proben wechseln, die unterschied-
liche Beleuchtungsintensitaten erfordern.

Nach dem Einschalten des Mikroskops wird die vorherige Einstellung des Lichtmanagers wieder-
hergestellt.
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3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Mikroskopier- und Kontrastverfahren

Die Verfugbarkeit von Mikroskopier- und Kontrastverfahren ist abhangig von Mikroskoptyp und
Konfiguration.

Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie mit dem Koéhler-Verfahren

Die Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie ist das am weitesten verbreitete optische Mikroskopiever-
fahren, da es zur schnellen und einfachen Untersuchung kontrastreicher oder gefarbter Proben
(z. B. Blutausstriche) verwendet werden kann.

Neben den sogenannten direkten Strahlenbundeln sind auch die indirekten Bundel (d. h. digje-
nigen, die von den Probendetails abgelenkt und gestreut werden) von wesentlicher Bedeutung,
um ein moglichst getreues Abbild des Objekts zu erhalten. Gemafs ABBE ist das Mikroskopbild
umso objektgetreuer, je groRer der Anteil indirekter Strahlenkomponenten ist.

Die beste Leistung erzielt das Mikroskop, und insbesondere das Objektiv, wenn Kondensor, Feld-
blende und Aperturblende nach den Regeln des KOHLER'schen Beleuchtungsprinzips eingestellt
werden.

Durchlicht-Dunkelfeld-Mikroskopie mit dem Kohler-Verfahren

Bei der Durchlicht-Dunkelfeld-Mikroskopie wird die Probe mit einer Beleuchtungsapertur
beleuchtet, die grofer ist als die des verwendeten Objektivs.

Bei der Dunkelfeld-Mikroskopie gelangen nur die fir die Bildgebung wichtigen gebeugten und
gestreuten Lichtanteile in das Objektiv; die indirekten, unveranderten Lichtstrahlen werden am
Objektiv vorbeigelenkt. Auf diese Art kdnnen auch feine Strukturen dargestellt werden, die eigent-
lich unterhalb der Auflésungsgrenze eines Lichtmikroskops liegen. Diese Strukturen erscheinen
hell und ,strahlend” vor einem dunklen Hintergrund.

Dunkelfeldproben missen, mehr noch als Proben flr andere Mikroskopieverfahren, absolut
sauber gehalten werden. Fingerabdriicke, Staub- oder Schmutzpartikel haben negative Auswir-
kungen, denn sie lassen den Hintergrund heller erscheinen und reduzieren somit den Kontrast des
Objektbilds.

Durchlicht-Phasenkontrast-Mikroskopie

Die Phasenkontrast-Methode eignet sich optimal fur diinne ungefarbte Proben, z. B. einzelne
Zellen von Zellkulturen. Grundsatzlich kann das menschliche Augen Phasendifferenzen (Abwei-
chungen von Brechungsindex oder Dicke) innerhalb der verschiedenen Zellbestandteile nicht
erkennen.

Die Phasenkontrast-Methode verwendet die optischen Modulatoren , ringférmige Phasenmem-
bran” und ,Phasenring”, um die geringen Phasendifferenzen in Intensitatsdifferenzen umzuwan-
deln, die fur das menschliche Auge sichtbar sind. Die Interferenz verschiedener Strahlen im
Zwischenbild ist fir die Erzeugung solcher Bilder entscheidend.

Mithilfe des optisch definierten Ringkanals ,ringférmige Phasenmembran und Phasenring”
werden die hellen Anteile des direkten Lichts abgeschwacht und erfahren eine konstante Phasen-
verschiebung. Die von verschiedenen Zellpartikeln abgelenkten Anteile des indirekten Lichts
umgehen jedoch diesen optischen Kanal, und ihre Phase wird durch die Differenz zwischen dem
Brechungsindex und der Dicke der Probe beeinflusst.

Auf der Zwischenbildebene werden die Teilstrahlen daher anders beeinflusst und verursachen
Interferenzen oder starken bzw. schwachen einander (konstruktive und destruktive Interferenz) je
nach Phase. Infolgedessen entstehen durch diese Interferenzen Bildinhalte mit Intensitatsunter-
schieden, die fir das menschliche Auge sichtbar sind.
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3.4.4 Durchlicht-Polarisation

3.4.4.1

3.44.2

Das Durchlicht-Polarisationsverfahren wird fiir Proben verwendet, die die Polarisation des Lichts
verandern. Solche Proben werden als doppelbrechend bezeichnet. Beispiele umfassen Kristalle,
Mineralien oder Polymere. Werden solche doppelbrechenden Stoffe zwischen gekreuzten Polari-
satoren beobachtet, so erscheint der doppelbrechende Anteil der Probe hell, wahrend die Umge-
bung dunkel erscheint.

Doppelbrechung erkennen

Um doppelbrechende Substanzen zu erkennen, wird die Probe zwischen gekreuzten Polarisatoren
um 360° gedreht. Bei diesem Drehvorgang sollte die Probe viermal hell und viermal dunkel
erscheinen. In Abhangigkeit von Doppelbrechung, Dicke und Ausrichtung der Probe treten
wahrend der Drehung Interferenzfarben von Grau (meist bei biologischen Proben), Weif3, Gelb
und Rot bis hin zu Blau auf. Die Interferenzfarben kénnen erster oder héherer Ordnung sein.

Polarisationsrichtung bestimmen

Die Bestimmung der Polarisationsrichtung von n, bzw. n,. (Polarisationsrichtung mit dem absolut
bzw. relativ grofSten Brechungsindex) und n, bzw. n,. (Polarisationsrichtung mit dem absolut bzw.
relativ kleinsten Brechungsindex), bezogen auf die morphologischen Richtungen, z. B. Kristallfla-
chen, Kristallnadeln oder Fasern, gibt Auskunft Uber ein wichtiges Erkennungsmerkmal des Mate-
rials. Diese Methode wird auch zur Diagnose von Biokristallen (z. B. Gicht und Pseudogicht) einge-
setzt.

/ ) \
/ 4 N
% 5 /| &

150 700 -400

Abb. 27: Polarisationsrichtung n,. am Beispiel einer Kunstfaser bestimmen

Wenn der Lambda-Kompensator eingeschoben wird, andert die Probe je nach ihrer Ausrichtung
(Nordost-Sudwest oder Nordwest-Studost) die Farbe. Wie die Probe, so ist auch der Lambda-
Kompensator ein doppelbrechendes Objekt. Allerdings hat der Kompensator einen definierten
Gangunterschied von 550 nm und eine maximale Schwingungsrichtung n,, die deutlich nach
Nordost-Studwest ausgerichtet ist.

Die Farbanderung beruht auf der optischen Interferenz. Die Interferenzfarben (Gangunterschiede)
mussen in beiden Diagonalstellungen (Nordost-Stidwest und Nordwest-Stidost) miteinander vergli-
chen werden.

Der Gangunterschied ergibt sich aus der Interferenz der Polarisation der Probe und der Polarisa-
tion des Lambda-Kompensators.

Der grofste Gangunterschied tritt auf, wenn die Polarisationsrichtung der Probe mit dem absolut
bzw. relativ gréften Brechungsindex (n, bzw. n,) parallel zur gréRten Polarisationsrichtung des

Lambda-Kompensators verlduft. In diesem Fall erscheint die Probe z. B. blau-griin .

Der kleinste Gangunterschied tritt auf, wenn die Polarisationsrichtung der Probe mit dem absolut
bzw. relativ kleinsten Brechungsindex (n, bzw. n,) senkrecht zur Polarisationsrichtung des

Lambda-Kompensators verlauft. Die Probe erscheint dann z. B. gelb El

Die im obigen Beispiel EN zunachst in Hellstellung auftretende Farbe Grau-Weifs entspricht
gemals der Michel-Lévy-Farbtafel einem Gangunterschied von 150 nm.
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Abb. 28: Schematische Darstellung der Farbtafeln nach Michel-Lévy

Wenn der Lambda-Kompensator in den Strahlengang eingeschoben wird, erscheint die nicht
doppelbrechende ,,Umgebung” der Kunstfaser dunkelrot; dies entspricht dem Gangunterschied
des Kompensators von 550 nm (Interferenzfarbe erster Ordnung fir den Gangunterschied von
550 nm, entspricht 1 A).

Verlauft die Polarisationsrichtung (n, bzw. n,) der zu untersuchenden doppelbrechenden Probe
parallel zur Hauptpolarisationsrichtung (n,) des Lambda-Kompensators, d. h. in Richtung Nordost-
SUdwest, dann wird der Gangunterschied der Probe (z. B. Grau-Weifs: 150 nm) zum Gangunter-
schied des Lambda-Kompensators (Rot: 550 nm) hinzuaddiert. In diesem Fall andert sich die Farbe
der Probe von Grau-Weifs zu Griin-Blau (resultierender Gangunterschied = 700 nm).

Verlauft die Polarisationsrichtung der zu untersuchenden doppelbrechenden Probe senkrecht zur
Hauptpolarisationsrichtung des Lambda-Kompensators, d. h. in Richtung Nordwest-Stidost, dann
wird der Gangunterschied der Probe (z. B. Grau-Weif3: 150 nm) vom Gangunterschied des
Kompensators (Rot: 550 nm) subtrahiert. In diesem Fall andert sich die Interferenzfarbe der Probe
von Grau-Weifs zu Orange (resultierender Gangunterschied = 400 nm).
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3.44.3

3.44.4

Gangunterschiede messen

Fur eine prazise Messung von Gangunterschieden werden Messkompensatoren bendtigt. Diese
kompensieren den von der Probe erzeugten Gangunterschied, d. h. setzen ihn auf null zurtck
(Schwarz erster Ordnung). Wahrend fur die oben beschriebenen Verfahren sowohl die Additions-
stellung als auch die Subtraktionsstellung von Interesse sind, ist fir die Messungen nur die
Subtraktionsstellung relevant. Die Gangunterschiede in der Probe kdnnen sehr kleine Werte
(1/50 A oder 10 nm) oder sehr grofse Werte (gréfSer 10 A oder ca. 5500 nm und mehr) annehmen
und bestimmen so den fur die Messung geeigneten Kompensator.

Der geeignete Kompensator wird wie folgt ermittelt:

= Erscheinen mehr oder weniger kraftige Interferenzfarben an der Probe, dann liegt der Gang-
unterschied etwa zwischen 1/2 A und 5 A.
Der geeignete Kompensator ist:
Kippkompensator B 0-5 A

= Andert sich nach Einschub eines Lambda-Kompensators (473704-0000-000) in den Kompen-
satorschlitz die Farbe der Probe von Hellgrau/Weif3 zu einer kraftigen Interferenzfarbe, dann
betragt der Gangunterschied (1/4 - 1/2) A.

Voraussetzung fiir das Auftreten der Farbanderung ist u. U. die Bewer-
tung in zwei zueinander um 90° versetzten Probenpositionen. Dazu den zentrierten
Probentisch drehen (um 2 Rastpositionen).

Der geeignete Kompensator ist:

Kippkompensator B 0-5 A

oder die Kompensationsmethode nach DE SENARMONT bis 1 A mit dem SENARMONT-
Kompensator 546/4 nm.

m Die Kompensationsmethode nach DE SENARMONT erfordert den Einsatz
des drehbaren Analysators.

= Nach Einschub des Lambda-Kompensators und Drehung der Probe um 90¢ ist die Interferenz-
farbe noch immer Weifs; allerdings handelt es sich um ein , Weifs héherer Ordnung”, somit ist
der Gangunterschied > 5 A.
Der geeignete Kompensator ist:
Kippkompensator K 0-30 A

= Ein Dunkelgrau als Interferenzfarbe deutet auf einen sehr geringen Gangunterschied hin (A/10
oder 54,6 nm).

Zirkularpolarisationskontrast

Im Gegensatz zum ,,normalen” Polarisationskontrast zeigt der Zirkularpolarisationskontrast keine
dunklen Ausléschungspositionen, die vom Drehwinkel (Azimut) der Probe zum Polarisator oder
Analysator abhdngen. Beim Drehen des Probentisches bleibt das Bild stets unverandert, da es
keine hellen und dunklen Positionen gibt. Bei optischer Anisotropie zeigen alle durchsichtigen
Proben die fur sie typischen Interferenzfarben.
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3.4.4.5 Optischen Charakter von Kristallen bestimmen

Fur die Klassifizierung (und damit die Identifizierung) kristalliner Materialien — anstelle der Betrach-
tung der Probe selbst — liefert die Analyse eines Interferenzbilds in der Objektivpupille die wertvol-
leren Informationen. Dieses Bild wird im Okular sichtbar, wenn eine zusatzliche Linse (die soge-
nannte Bertrand-Linse) eingeschaltet wird. Alternativ kann das Interferenzbild auch mit einem
Hilfsmikroskop oder einem Diopter betrachtet werden.

Im Unterschied zur Orthoskopie wird dieses Verfahren als Konoskopie bezeichnet, da die Beleuch-
tung idealerweise mit einem weit gedffneten Konus erfolgt. In der Praxis bedeutet dies, dass die
Aperturblende vollstandig gedffnet ist und auch das Objektiv eine hohe Apertur haben sollte.

Die Kristalluntersuchung dient der Bestimmung des optischen Charakters von transparenten und
schwach absorbierenden Kristallen. Dieses Verfahren wird auch als Konoskopie bezeichnet.

Hauptanwendungsgebiet ist die klassische Mineralmikroskopie. Jedoch kénnen auch synthetische
Kristalle, Industriemineralien und Kunststoffe (z. B. Folien) identifiziert und charakterisiert werden.

Bei optisch einachsigen Kristallen wird die glnstigste Ausrichtung fir die konoskopische Betrach-
tung mit jenen Details der Probe (z. B. eines DUnnschliffs) erzielt, die bei orthoskopischer Betrach-
tung die Helligkeit am wenigsten beeinflussen. In diesem Fall ist die Betrachtungsrichtung parallel
zur optischen Achse. Gleiches gilt fur optisch zweiachsige Kristalle, wenn diese (annahernd) in
Richtung einer der beiden optischen Achsen betrachtet werden.

Kristalline anisotrope Proben kénnen in optisch ein- und zweiachsige Proben, jeweils mit ,,optisch
positivem” oder ,,optisch negativem” Charakter, unterteilt werden.

Einachsige Kristalle zeigen ein schwarzes Kreuz, wenn die optische Achse parallel zur Betrach-
tungsrichtung verlauft. Je nach Probendicke und Grad der Doppelbrechung kénnen konzentrisch
angeordnete, farbige Interferenzringe (sogenannte Isochromaten) auftreten (siehe auch Tabelle
unten, zweite Zeile).

Die Linien des schwarzen Kreuzes bleiben bei Drehung des Probentisches geschlossen. Je nach
Schnittlage kann das Kreuz innerhalb oder auf3erhalb der abgebildeten Objektivpupille liegen.

Bei optisch zweiachsigen Kristallen 16st sich das Kreuz bei Drehung des Probentisches zu zwei
dunklen Hyperbel-Asten (den sogenannten Isogyren) auf, die je nach Probendicke und Grad der
Doppelbrechung von farbigen Interferenzmustern umgeben sein kénnen (die an die Form einer
,8" erinnern).

Wird ein Lambda- oder Lambda/4-Kompensator oder ein Keilkompensator Lambda 0-4 bei der in
der Tabelle unten dargestellten Ausgangslage des Achsenbildes in den Kompensatorschlitz einge-
schoben, zeigen sich im Achsenbild folgende Farbanderungen (schematisch als blaue bzw. gelbe
Bereiche dargestellt) und damit die Mdglichkeit der Unterscheidung zwischen ,optisch positiv”
und ,, optisch negativ”.

Optisch einachsig Optisch zweiachsig

Positiv Negativ Positiv Negativ
Lambdaplatte AT e e +=blau
- blau jh R\ AN\
- gelb)
Quarzkeil Pfeil =
(Bewegungs- Bewegungsrich-
richtung beim \\x tung

Einschieben)

Lambda/4-
atte (Position —'”—— ;”;L / k ;
(F;lerttscf(]f)/varzen —J}r‘ Jﬂ_N \ ), \ J

Flecken)

Tab. 3: Optischen Charakter bestimmen
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3.4.5

3.4.6

Bei unglinstigeren Schnittlagen, wenn die Kreuzmitte optisch einachsiger oder die Isogyren
optisch zweiachsiger Proben aufRerhalb der Objektivpupille liegen, kann eine Beurteilung wie folgt
vorgenommen werden:

= Wenn die schwarzen Isogyren gerade sind und parallel zur Pupille (auf das Kreuz bezogen)
verlaufen, dann ist die Probe optisch einachsig.

= Wenn die schwarzen Isogyren gekriimmt sind und auf einer Kreisbahn durch die Pupille
wandern, ist die Probe optisch zweiachsig.

Info

Achsenbilder lassen sich oft besser mit der Zirkularpolarisation darstellen. Insbesondere kann
der Achsenwinkel optisch zweiachsiger Proben (also quasi der Abstand zwischen den Isogyren)
eindeutiger bestimmt werden. Auch der optische Charakter lasst sich bestimmen. Zu diesem
Zweck wird der Lambda-Kompensator (6 x 20 mm) im Kompensatorschlitz genutzt.

Info

Auf der Riickseite des Konoskopie-Stativs befinden sich zwei Aufnahmefacher fir Kompensa-
toren (6 x 20).

Durchlicht-Polarisation fiir die konoskopische Betrachtung

Im Rahmen der Kristalluntersuchung wird der optische Charakter von transparenten und schwach
absorbierenden Kristallen bestimmt. Dieses Verfahren wird auch als Konoskopie bezeichnet.
Hauptanwendungsgebiet ist die klassische Mineralmikroskopie. Die Konoskopie erméglicht aber
auch eine einfachere Identifizierung und Charakterisierung von synthetischen Kristallen, Industrie-
mineralien und Kunststoffen (z. B. Folien).

Fur die Klassifizierung (und damit die Identifizierung) kristalliner Materialien liefert die Untersu-
chung des Interferenzbilds in der Objektivpupille wertvollere Informationen als eine Betrachtung
der Probe selbst. Das Interferenzbild wird bei Verwendung eines zusatzlichen optischen Systems
(feste oder fokussierbare Bertrand-Linse oder in der Basisvariante ein Hilfsmikroskop oder Diopter)
im Okular sichtbar.

Im Unterschied zur Orthoskopie wird dieses Verfahren als Konoskopie bezeichnet, da die Probe
idealerweise mit einem weit gedffneten Konus beleuchtet wird. In der Praxis bedeutet dies, dass
die Frontoptik des Kondensors (0,9) sich im Lichtweg befinden muss, die Aperturblende ganz
geoffnet ist und auch das Objektiv eine hohe Apertur haben sollte.

Auflicht-Hellfeld-Mikroskopie mit dem Kohler-Verfahren

Die Auflicht-Hellfeld-Mikroskopie ist das einfachste und gebrauchlichste AL-Mikroskopieverfahren.
Dieses wird eingesetzt, um optisch opake Proben oder Proben wie geschnittene, geschliffene,
geatzte Metalle oder Erze zu untersuchen.

Neben den sogenannten direkten Strahlenbundeln sind auch die indirekten Bundel (d. h. dieje-
nigen, die von den Probendetails abgelenkt und gestreut werden) sehr wichtig, um ein méglichst
getreues Abbild des Objekts zu erhalten. Gemals ABBE ist das Mikroskopbild umso objektgetreuer,
je groRer die indirekten Strahlenkomponenten sind.

Der Lichtkegel, der aus der Auflicht-Lichtquelle austritt, wird durch einen farbneutralen Strahlteiler
reflektiert, bevor er das Objektiv passiert, das auf die Probenoberflache fokussiert ist (sogenannte
Kondensorfunktion). Das Objektiv sammelt das von der Probe reflektierte Licht und erstellt mit der
Tubuslinse das mikroskopische Zwischenbild. Dieses Bild kann dann visuell untersucht oder mit
einer Kamera dokumentiert werden.
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3.4.7

3.4.8

3.4.9

Auflicht-Dunkelfeld-Mikroskopie mit dem Kohler-Verfahren

Das Auflicht-Dunkelfeld-Verfahren wird angewandt, wenn Proben untersucht werden, die nicht
Bereiche mit unterschiedlichem Reflexionsvermdgen haben (ideale Proben fur das Hellfeldver-
fahren), sondern Ablenkungen (wie Kratzer, Risse, Staubpartikel usw.) auf der ebenen Oberflache
aufweisen. Solche lichtstreuenden Details erscheinen alle hell im Dunkelfeld, wahrend die reflek-
tierenden ebenen Bereiche dunkel erscheinen.

Auflicht-Polarisationsmikroskopie

Auflicht-Polarisation ist ein Kontrastverfahren, das flr geschnittene und geschliffene Oberflachen
von Mineralerz, Kohle, Keramik, Sondermetallen und Legierungen geeignet ist. Abhangig von der
Ausrichtung der Kristalle und den Probendetails, reagieren geschnittene Oberflachen haufig unter-
schiedlich, wenn sie in linear polarisiertem Licht reflektiert werden.

Das Beleuchtungslicht wird durch den Polarisator polarisiert, bevor es das Objektiv passiert und
auf die Probenoberflache auftrifft, wo es reflektiert wird. Dann treten bei den Strahlteilen Wegun-
terschiede abhangig von der Struktur und der Polarisation der optischen Rotationen auf, die beim
Passieren des Analysators durch unterschiedliche Graustufen wiedergegeben werden. Mithilfe
eines Kompensators mit einer A-Platte kann der Graukontrast in einen Farbkontrast umgewandelt
werden.

Selbst bei der Untersuchung , dunkler” Probenoberflachen tragt eine drehbare A/4-Platte vor dem
Objektiv (antireflektierende Kappe) dazu bei, die Reflexionen zu eliminieren, die bei der Arbeit mit
Objektiven mit sehr geringer VergrofRerung unumganglich sind.

Eine Probe ist bireflektierend, wenn die Probendetails Helligkeits- und Farbunterschiede zeigen,
die sich andern, wenn die Schwingungsrichtung des Polarisators oder der Probentisch gedreht
werden. FUr Proben mit geringem Bireflexionsvermégen wird die Verwendung des Analysators mit
einer drehbaren Lambdaplatte empfohlen.

Auflichtfluoreszenzmikroskopie

Das Auflichtfluoreszenzverfahren dient zur Darstellung fluoreszierender Substanzen in typischen
fluoreszierenden Farben mit hohem Kontrast. Das von einer leistungsstarken Lichtquelle abgege-
bene Licht in einem Auflichtfluoreszenzmikroskop passiert einen Warmeschutzfilter und trifft dann
auf einen Anregungsfilter (Bandpass). Die gefilterte kurzwellige Anregungsstrahlung wird durch
einen dichroitischen Spiegel reflektiert und durch das Objektiv auf die Probe scharf gestellt. Die
Probe absorbiert die kurzwellige Strahlung und gibt selbst langwellige Fluoreszenzstrahlung ab
(Stokessches Gesetz). Diese Strahlung wird dann auf der Bildseite des Objektivs erfasst und
passiert den dichroitischen Spiegel. Zum Schluss passieren die Strahlen einen Emissionsfilter (Lang-
pass/Bandpass), und nur die von der Probe abgegebene langwellige Strahlung dringt hindurch.

Die Spektren des Anregungs- und des Emissionsfilters missen sehr genau aufeinander abgestimmt
sein. Zusammen mit dem dichroitischen Spiegel mussen sie in ein Reflektormodul FL EC P&C inte-
griert werden.
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4 Installation

Nur die in diesem Dokument beschriebenen Installationsarbeiten durchfiihren. Alle anderen hier
nicht beschriebenen Installationsarbeiten dirfen nur von einem autorisierten ZEISS-Servicever-
treter durchgefihrt werden.

4.1 Mikroskop auspacken und einrichten

Verfahren 1. Die Verpackung 6ffnen und alle Komponenten herausnehmen.

2. Beim Auspacken jeder Lieferung von ZEISS prifen, ob alle auf dem Lieferschein angege-
benen Komponenten vorhanden und unbeschadigt sind.

3. Das Stativ auf einer erschiitterungsfreien,
ebenen, harten und nicht brennbaren Ober-
flache aufstellen.

Info

Es wird empfohlen, die Originalverpackung nicht zu entsorgen, um z. B. das Mikroskop darin
aufzubewahren, wenn es nicht verwendet wird, oder um es zur Reparatur an den Hersteller
zurlickzusenden.
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4.2

Teile und
Werkzeuge

Verfahren

Binokularen Tubus montieren

BEl staubschutzkappe des Stativs
BEN sBinokularer Tubus

Klemmschraube

Staubschutzkappe des binokularen
Tubus

BEl stativaufnahme

/ Innensechskantschlissel, 3,0 mm

1. Die Klemmschraube [6sen.

2. Die Staubschutzkappe von der Ringschwalbenaufnahme an der Seite des Stativs
abnehmen.

3. Die Staubschutzkappe n von der Unterseite des binokularen Tubus entfernen.

4. Den binokularen Tubus schrag halten, mit der Ringschwalbe in die Aufnahme des
Stativs einsetzen und in die horizontale Position drehen.

5. Den binokularen Tubus in die gewiinschte Beobachtungsposition drehen.
Die Klemmschraube mit dem Sechskantschlissel festziehen.
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4.3 Binokularen Tubus mit Zwischenplatte montieren

BEl staubschutzkappe des Stativs Bl stativaufnahme

Binokularer Tubus Il staubschutzkappe des binokularen
Tubus

BEl Zwischenplatte Il Klemmschraube der Zwischenplatte

Klemmschraube

Teileund # Innensechskantschlissel, 3,0 mm
Werkzeuge

Verfahren Klemmschraube am Stativ [6sen.

—_

2. Die Staubschutzkappe von der Ringschwalbenaufnahme an der Seite des Stativs
abnehmen.

Die Zwischenplatte mit der Ringschwalbe in die Aufnahme des Stativs einsetzen.
Am Stativ ausrichten und die Klemmschraube am Stativ festziehen.
Die Staubschutzkappe n von der Unterseite des binokularen Tubus entfernen.

o v oA~ W

Den binokularen Tubus schrag halten, mit der Ringschwalbe in die
Zwischenplatte einsetzen und in die horizontale Position drehen.
Den binokularen Tubus in die gewunschte Beobachtungsposition drehen.

~

8. Die Klemmschraube der Zwischenplatte ﬂ mit dem Sechskantschllssel festziehen.
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4.4 Komponenten in den binokularen Tubus einsetzen

Die folgenden Komponenten kénnen in den Tubus eingesetzt werden:

= QOkulare

= Hilfsmikroskop
= Lochblende

BEl staubschutzkappe BEB okular
BEN Hilfsmikroskop I8 Lochblende

BEl staubschutzkappe

Verfahren Beide Staubschutzkappen vom Tubus entfernen.

2. Beide Okulare aus dem Karton entnehmen und bis zum Anschlag in die Okularfassung
des Tubus einschieben.
m Vor dem Einsetzen von Pol-Okularen in Tuben ohne aufrechte Strich-
platten muss die Orientierungsschraube auf der Riickseite der Okulare herausge-
schraubt werden. Andernfalls konnen die Okulare nicht vollstindig eingeschoben
werden.

—_

3. Ineine der Okularfassungen anstelle eines Okulars ein Hilfsmikroskop oder eine Loch-
blende n einsetzen.

Zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
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4.5 Objektive anbringen
BEl staubschutzkappe BEB Objektiv
Objektivrevolver I3 Adapter W0,8/M27
BEl Probenmarkierer Il schutzkappe
Voraussetzung v~ Der Adapter WO0,8/M27 wird bei Verwendung von Objektiven WO0,8 oder des Probenmarkie-

Verfahren

rers benotigt.

1. Den Kreuztisch mithilfe des Fokussierme-
chanismus an den unteren Anschlag fahren.

2. Die Staubschutzkappen ll von den jeweiligen Offnungen im Objektivrevolver abnehmen.
3. Die Objektive aus dem Transportkoffer nehmen und in den Objektivrevolver
einschrauben.

4. Das Objektiv vorsichtig in die Position schrauben. Mit dem kleinsten Vergréferungsfaktor
(Schaltung im Uhrzeigersinn) bei Position 1 des Objektivrevolvers beginnen.

5. Darauf achten, dass das Objektiv richtig in das Gewinde des Objektivrevolvers fasst.

6. Anstatt eines Objektivs kann der Probenmarkierer mit einem

Adapter W0,8/M27 n an jeder gewlinschten Position des Objektivrevolvers einge-
schraubt werden.

7. Den Probenmarkierer mit der Schutzkappe ﬂ vor Austrocknung schiitzen.
Nicht genutzte Positionen des Objektivrevolvers stets mit Staubschutzkappen verschliefSen.
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4.6 Kondensoren montieren

4.6.1 Kondensor 0,9/1,25 HF, DF, Ph1, Ph2, Ph3 mit Modulatorscheibe montieren

Verfahren

N

Zentrierschraube (links/rechts) BEB cEingeschraubte Stiftschraube
Probentischtrager I3 Kondensortrager

Randelknopf fur die Hohenverstellung [l Federhaus
des Kondensortragers

Nut

Den Probentischtrager mithilfe des Fokus-
siermechanismus vorsichtig an den oberen
Anschlag fahren.

m Sicherstellen, dass der Proben-
tisch nicht mit dem Objektiv kollidiert.

Beide Zentrierschrauben ll am Kondensortrager herausdrehen, bis die Schraubenenden
nicht mehr zu sehen sind.

Den Kondensortrager mithilfe des Randelknopfes fir die Hohenverstellung ganz nach
unten fahren.

Bei Verwendung einer Ubersichtseinrichtung darauf achten, dass diese
nicht auf der Leuchtfeldblende aufsetzt.

Den Kondensor zwischen dem Kondensortrager | 4 | und dem Probentischtrager
einsetzen. Dabei die Stiftschraube auf der Unterseite des Kondensors an der Nut
im Kondensortrager ausrichten.

Den Kondensor mit der Ringschwalbe gegen das Federhaus ﬂ des Kondensortragers
driicken, bis der Kondensor waagrecht auf dem Kondensortrager sitzt.

Die Zentrierschrauben eindrehen, bis sie in die Ringschwalbe des Kondensors eingreifen.
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4.6.2 Trockendunkelfeldkondensor montieren

Verfahren

BEl Befestigungsring
Kondensorhalter Z

BEl Zentrierschraube (links/rechts)
Kondensortrager

—_

a~
Dunkelfeldkondensor

Federhaus

Probentischtrager

Randelknopf fur die Hohenverstellung
des Kondensortragers

Den Probentischtrager ﬂ mithilfe des Fokus-
siermechanismus vorsichtig an den oberen
Anschlag fahren.

m Sicherstellen, dass der Proben-
tisch nicht mit dem Objektiv kollidiert.

Den Kondensortrager mithilfe des Randelknopfes n fur die Hohenverstellung ganz nach
unten fahren.

m Bei Verwendung einer Ubersichtseinrichtung darauf achten, dass diese
nicht auf der Leuchtfeldblende aufsetzt.

Den Dunkelfeldkondensor in den Kondensorhalter Z einsetzen.
Den Dunkelfeldkondensor mit dem Befestigungsring fixieren.

Beide Zentrierschrauben am Kondensortrager herausdrehen, bis die Schraube-
nenden nicht mehr zu sehen sind.

Den Kondensorhalter Z mit der Ringschwalbe gegen das Federhaus n des Kondensor-
tragers drucken, bis der Kondensorhalter Z waagrecht auf dem Kondensortrager sitzt.

Die Zentrierschrauben eindrehen, bis sie in die Ringschwalbe des Kondensorhalters Z
eingreifen.
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4.6.3 Kondensor chromatisch-aplanatisch 0,9 HF DF PhC DIC montieren

Info

Wenn ein weiteres Bauelement, z. B. ein Polarisator, unterhalb des Kondensortragers montiert
wurde, sollte der Probentischtrager vor der Montage des Kondensors entfernt werden.

~\

f

Abb. 29: Kondensor achromatisch-aplanatisch 0,9 HF DF PhC DIC montieren

BEl Hebel zum Ein-/Ausschwenken der IE3 Kondensor
Frontoptik (links/rechts)

Federhaus
B Nut

Probentischtrager

Zentrierschraube (links/rechts)
Klemmschraube

Randelknopf fur die Hohenverstellung
des Kondensortragers

BEN Kondensortrager Eingeschraubte Stiftschraube

?

Verfahren 1 pen probentischtrager vorsichtig an den
oberen Anschlag fahren. Den Fokussierme-
chanismus verwenden.

Sicherstellen, dass der Proben-
tisch nicht mit dem Objektiv kollidiert.

=]

2. Die Frontoptik am Kondensor mit dem Hebel aus dem Strahlengang
schwenken.

3. Beide Zentrierschrauben n am Kondensortrager ﬂ herausdrehen, bis die Schraube-
nenden nicht mehr zu sehen sind.

4. Die Klemmschraube ﬂ am Kondensortrager 6sen, bis der maximale vertikale

Verfahrweg zur Verfliigung steht.
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9.

Den Kondensortrager mithilfe des Randelknopfes ﬂ fur die Hohenverstellung ganz nach
unten fahren.

m Bei Verwendung einer Ubersichtseinrichtung darauf achten, dass diese
nicht auf der Leuchtfeldblende aufsetzt.

Den Kondensor zwischen dem Kondensortrager und dem Probentischtrager

einsetzen. Dabei die Stiftschraube m auf der Unterseite des Kondensors an der Nut
im Kondensortrager ausrichten.

Den Kondensor mit der Ringschwalbe gegen das Federhaus des Kondensortragers
dricken, bis der Kondensor waagrecht auf dem Kondensortrager sitzt.

Die Zentrierschrauben n eindrehen, bis sie in die Ringschwalbe des Kondensors
eingreifen.

Die Klemmschraube n eindrehen, ohne den Vertikalantrieb zu klemmen.

Zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

4.6.4 Modulatorscheibe in Kondensor 0,9 HF Pol einsetzen

BEl skalensegment EEB Klemmschraube
BEN Kondensor 0,9 HF Pol I3 Kondensordffnung

BEl Vodulatorscheibe

Teileund # Innensechskantschlissel, 3,0 mm

Werkzeuge

Voraussetzung

Verfahren ¢

Der Kondensor ist aus dem Kondensortrdger ausgebaut [ 58].

Die Klemmschraube am Skalensegment ll des Kondensors I6sen und das Skalen-
segment herausziehen.

Die Modulatorscheibe mit der zweizackigen Gabel¢ffnung voran in die Kondensoroff-
nung n einschieben.

Sicherstellen, dass die Scheibe in der innenliegenden Fihrung auf beiden Seiten des
Kondensors einrastet.

- Die Fihrung dient als Anschlag fir die Modulatorscheibe. Der Zapfen der Klemm-
schraube an der Scheibe muss in der Positionierungsnut des Kondensors sitzen.

Die Klemmschraube an der Scheibe festziehen.
Den Kondensor wieder in den Trager einsetzen.
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4.7

4.7.1

Verfahren

Reflektorrevolver bestiicken

Der Reflektorrevolver mit vier Positionen ist fest im Auflichtbeleuchtungsmodul fur Fluoreszenz-
oder Materialstative montiert.

Reflektormodule montieren

BEl Abdeckkappe BEB Feld fiir Filterkombinationsdaten
B Positionsnummer am Reflektorrevolver n Obere Federklemmen (rechts/links)
B Untere Federklemmen (rechts/links) n Reflektormodul

Halterung (rechts/links)

Die Abdeckkappe ll nach vorne vom Stativ abziehen.

—_

2. Den Reflektorrevolver in die gewinschte Position drehen.

3. Das Reflektormodul n mit den rechts- und linksseitigen Halterungen von schrag
unten in die oberen Federklemmen (rechts/links) der Reflektorrevolver-Position
einsetzen.

4. Das Reflektormodul von unten andrlicken, bis es auch in den unteren Federklemmen
der Reflektorrevolver-Position einrastet.

5. Die Abdeckkappe maoglichst gerade am Stativ anbringen, damit der Griffrandel des Reflek-
torrevolvers nicht verkantet und beschadigt wird.

Die Abdeckkappe andriicken, bis die Halterungen einrasten.
7. Die mitgelieferten Aufkleber mit den Filterkombinationsdaten des jeweiligen Moduls auf
das entsprechende Feld der Abdeckkappe aufkleben (Positionen 1 bis 4).
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4.7.2 Reflektormodule ausbauen

BEl Abdeckkappe BEB reld fir Filterkombinationsdaten

BEN rositionsnummer am Reflektorrevolver  [El] Obere Federklemmen (rechts/links)

BEl untere Federklemmen (rechts/links) I Reflektormodul

Halterung (rechts/links)

Verfahren 1 pje Abdeckkappe BEM 2ch vorne vom Stativ abziehen.

2. Den Reflektorrevolver in die gewiinschte Position drehen.

3. Das Reflektormodul ﬂ leicht kippen, um es an der Halterung zunachst aus den
unteren Federklemmen und dann aus den oberen Federklemmen ll des Reflektor-
revolvers herauszuziehen.

4. Die Abdeckkappe moglichst gerade am Stativ anbringen, damit der Griffrandel des Reflek-
torrevolvers nicht verkantet und beschadigt wird.

5. Die Abdeckkappe andricken, bis die Halterungen einrasten.

6. Die Filterdaten auf dem Aufkleber fur das jeweilige Feld auf der Abdeckkappe
entsprechend andern.

4.8 Mikroskop an die Stromversorgung anschlie3en
Voraussetzung v~ Das Mikroskop ist ausgeschaltet.
Verfahren 1. Das Stromversorgungskabel an der Netzbuchse
des Stativs anschliefSen.
2. Das Stromversorgungskabel an einer Netzsteckdose anschliefsen.
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5 Betrieb

Dieses Kapitel beschreibt das Ein- und Ausschalten des Mikroskops sowie die Bedienschritte mit
dem Mikroskop.

Info

Fur zusatzliche Informationen und detaillierte Beschreibungen in den mitgeltenden Doku-
menten nachschlagen oder den ZEISS Vertriebs- und Servicepartner fragen.

Info

Weitere Informationen Uber die Software und ihre Funktionsweise sind in der Online-Hilfe der
Software zu finden.

5.1 Voraussetzungen fiir Inbetriebnahme und Betrieb

Die folgenden Grundvoraussetzungen sind fir Inbetriebnahme und Betrieb erforderlich:

= Dieses Dokument wurde vor Inbetriebnahme und Bedienung gelesen und fiir die weitere
Verwendung aufbewahrt.

= Das Kapitel Sicherheit wurde gelesen und verstanden.
= Der Bediener ist mit den allgemeinen Windows®-basierten Programmen vertraut.

= Falls erforderlich: Grundlagenschulung und Sicherheitseinweisung wurden erfolgreich abge-
schlossen.

5.2 Mikroskop einschalten

Haut- oder Augenverletzungen aufgrund gefahrlicher Lichtemissionen

Die Lichtquelle gehort der Risikogruppe 3 nach IEC 62471 an und gibt LED- und UV-Strahlung
ab. Diese Strahlung kann Haut- oder Augenverletzungen verursachen.

» Jede Einwirkung der Lichtaustrittsoffnung der Lichtquelle auf die Augen oder die Haut
vermeiden.

» Einwirkung der Strahlung auf die Haut vermeiden. Bei Bedarf geeignete Schutzausristung/
Schutzkleidung verwenden.

» Vor dem Ein- oder Ausbau der Lichtquelle immer sicherstellen, dass diese ausgeschaltet ist.

Voraussetzung v Das Mikroskop ist an eine Steckdose angeschlossen.

Verfahren 1. Das Mikroskop am Ein/Aus-Schalter
einschalten.
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5.3 Anpassen
5.3.1 Position der Okulare einstellen

Info

Der Pupillenabstand ist richtig eingestellt, wenn Sie beim Blick durch die beiden Okulare nur
ein rundes Bild sehen.

Verfahren 1. Die Pupillendistanz durch symmetrisches
Drehen der Okulartuben aufeinander zu oder
voneinander weg einstellen.

2. Die Einblickhohe durch Schwenken das Okulars
um bis zu 180° nach oben oder unten
einstellen.

5.3.2 Fehlsichtigkeit bei Verwendung von Okular-Strichplatten ausgleichen

Voraussetzung v Es sind zwei verstellbare Okulare installiert

v/ Es ist ein Okular mit Strichplatte installiert.

Verfahren 1. Mit der fokussierbaren Augenlinse des verstellbaren Okulars, das die Strichplatte enthalt,
die Strichfigur der Okular-Strichplatte scharf stellen.

2. Durch das Okular, das die Strichplatte enthalt, blicken und das mikroskopische Bild einer
eingelegten Probe mit dem Fokussiermechanismus scharf stellen.

- Nun sind sowohl das mikroskopische Bild als auch die Okular-Strichplatte fokussiert.
3. Nun das mikroskopische Bild fiir das andere Auge mit der fokussierbaren Augenlinse des
zweiten Okulars scharf stellen.

= Damit sind beide mikroskopischen Bilder und die Okular-Strichplatte scharf gestellt.
Ab jetzt sollte eine Fokussierung nur noch Uber den Fokussiermechanismus erfolgen.
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5.3.3 Hohenanschlag am Kondensortrager einstellen
Teileund # Innensechskantschlissel, 3,0 mm
Werkzeuge
Voraussetzung v Das Mikroskop ist betriebsbereit.

v’ Eine Probe befindet sich auf dem Probentisch.

Verfahren 1. Den Gewindestift am Hohenanschlag I0sen.

2. Die Probe mit dem Fokussiermechanismus
scharf stellen.

3. Die Leuchtfeldblende schliefRen.

4. Den Kondensor in der Hohe verstellen, bis das
Bild scharf ist.
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5. m Beim Herausheben der Probe
konnen die Probe und das Objektiv —_—
beschadigt werden.
Den Kondensor vorsichtig ein kleines Stlick
hoher stellen, ohne die Probe herauszunehmen.

6. Den Gewindestift am Hohenanschlag fest-

ziehen. —_—

= Der Hohenanschlag ist nun eingestellt.

5.3.4 Lichtmanager-Funktion verwenden

5.3.4.1 Lichtmanager-Funktion ein- und ausschalten

Voraussetzung v Das Mikroskop ist betriebsbereit.

Verfahren 1. Einen der Ausloseknépfe und den Knopf
Intensitat/LM mindestens 1,5 Sekunden lang
gleichzeitig gedruckt halten.

- Die Signalleuchte blinkt in der folgenden Reihenfolge, wenn der Lichtmanager einge-
schaltet wird: GRUN/GRUN/GRUN

—> Die Signalleuchte blinkt in der folgenden Reihenfolge, wenn der Lichtmanager ausge-
schaltet wird: GRUN/ORANGE/GRUN
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ZEISS

5.3.4.2 Lichtintensitatsverhaltnisse speichern

Voraussetzung

Verfahren

v
v

1.

2.

Das Mikroskop ist betriebsbereit.
Die Lichtmanager-Funktion ist aktiviert [} 65].
Mit den Griffrandeln zur ersten gewlnschten

Objektiv- und/oder Reflektorposition (falls
verfligbar) umschalten.

Die gewunschte Lichtintensitat durch Drehen
des Intensitats-/LM-Knopfes einstellen.

Den Intensitats-/LM-Knopf mindestens 1,5 Sekunden lang gedruckt halten.
- Die Lichtintensitat fir diese Objektiv-/Reflektorkombination wird gespeichert.

- Wenn die LED als Lichtquelle verwendet wird, schaltet sich die LED 300 ms lang aus. Dies
ist durch die Okulare sichtbar und dient als Indikator flir den Anwender.

Auf die zweite Objektiv-/Reflektorposition umschalten.
Den Intensitats-/LM-Knopf mindestens 1,5 Sekunden lang gedrtckt halten.

- Nun wird das Verhaltnis der Lichtintensitat zwischen der ersten und der zweiten
Objektiv-/Reflektorposition berechnet.

Den Vorgang wiederholen, um die Lichtintensitatsverhaltnisse fir weitere Objektiv/
Reflektor-Kombinationen einzustellen.

Die Lichtintensitaten fur alle gewahlten Objektiv-/Reflektor-Kombinationen wurden gespei-
chert.

Nach dem Einschalten des Mikroskops wird die vorherige Einstellung des Lichtmanagers
wiederhergestellt.

66

Betriebsanleitung ZEISS Axiolab 5, Axiolab 5 materials | de | Rev. 9 | 430037-7444-000



ZEISS 5 Betrieb | 5.4 Durchlichtverfahren einrichten

5.3.5 ECO-/Permanent-Modus einstellen

Voraussetzung v Das Mikroskop ist betriebsbereit.

Verfahren 1. Den ECO- oder Permanent-Modus fur die
Mikroskopbeleuchtung mithilfe des ECO-/
Permanent-Modus-Schalters auswahlen.

5.4 Durchlichtverfahren einrichten

5.4.1 Gerat fiir die Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie einrichten

= Objekttrager mit kontrastreicher Probe
Alle Stativmodelle des Mikroskops sind flr die Durchfihrung der Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie
ausgestattet. Fir dieses Verfahren kénnen alle erhaltlichen Kondensoren (mit Ausnahme von
Spezialkondensoren wie etwa Dunkelfeldkondensoren) verwendet werden.

Voraussetzung v Das Mikroskop ist betriebsbereit.
v/ Das Mikroskop wurde fir den Anwender eingestellt [» 63].

v/ Der Hohenanschlag des Kondensortragers wurde eingestellt [} 64].

—_

Verfahren Falls erforderlich, den DL-Knopf fir die Durch-

lichtbeleuchtung driicken.

2. Die Bildhelligkeit mit dem Intensitats-/
LM-Knopf am Mikroskopstativ einstellen.

3. Die kontrastreiche Probe in den Probenhalter des Probentisches einlegen.
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4. Bei Verwendung von Kondensoren mit Revol-
verteller/Modulatorscheibe und Griffrandel die
Position H (oder B = Brightfield) einstellen.

5. Falls Kondensoren mit schwenkbarer Frontoptik
eingesetzt werden, die Frontoptik bei Objek-
tiven = 10 x in den Strahlengang schwenken.

6. Den Kondensor mit dem Randelknopf fur die
Hoheneinstellung an den oberen Anschlag
fahren.

7. Das Objektiv 10 x am Objektivrevolver in den
Strahlengang schwenken.
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8. Die Probe fokussieren.

9. Die Leuchtfeldblende so weit schliel3en, dass sie
im Sehfeld erkennbar wird (selbst wenn

unscharf) .

10. Den Kondensor durch Drehen am Randelknopf
fur die Hohenverstellung absenken, bis der
Rand der Leuchtfeldblende scharf

erscheint ﬂ

11. Die Leuchtfeldblende mittels der beiden
Zentrierschrauben am Kondensortrager

zentrieren .
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12. Die Leuchtfeldblende 6ffnen, bis der Blenden-
rand gerade aus dem Sehfeld

verschwindet ﬂ

13. Ein Okular aus dem binokularen Tubus entfernen, um die Aperturblende (Kontrast) zu

justieren.

14. Mit dem blofRen Auge in den Tubus blicken.
15. Die Aperturblende mit dem Stellhebel auf 2/3
bis 4/5 des Durchmessers der Objektivaustritts-
pupille einstellen ﬂ
- Flr die meisten Anwendungen bietet diese Aperturblendeneinstellung den besten
Kontrast bei fast idealer Auflosung und ist daher der optimale Kompromiss flr das
menschliche Auge.

16. Das Okular wieder in den binokularen Tubus einsetzen.
17. Die kontrastreiche Probe entnehmen.

~ Damit ist die Beleuchtung nach dem KOHLER-Verfahren eingestellt.

Info

Bei jedem Objektivwechsel verandern sich die Sehfeldgrofie und die Objektivapertur, u. U.
auch geringflgig die Zentrierung, sodass Leuchtfeld- und Aperturblende erneut eingestellt
werden mussen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Bei Objektiven < 10 x muss die Frontoptik des Kondensors (sofern sie schwenkbar ist) aus dem
Strahlengang herausgeschwenkt und die Aperturblende vollstandig gedffnet werden. Um bei
so grofRen Objektfeldern einen besseren Kontrast zu erreichen, sollte die Offnung der Leucht-
feldblende etwas reduziert werden. Allerdings sollte sie nicht zu weit geschlossen werden, um
die GleichmaRigkeit der Sehfeldausleuchtung nicht zu verschlechtern.

5.4.2 Gerat fir die Durchlicht-Dunkelfeld-Mikroskopie einrichten

Voraussetzung v Das Mikroskop ist betriebsbereit.
v/ Der Hohenanschlag des Kondensortragers wurde eingestellt [» 64].
v Es ist ein geeigneter Kondensor fur Durchlicht-Dunkelfeld-Mikroskopie montiert [» 56].
v/ Die Beleuchtung ist fir Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie [» 67] eingestellt.
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Verfahren 1. Die Modulatorscheibe auf Position D (oder DF =
Dunkelfeld) stellen.

2. Den Kondensor durch Drehen des Randel-
knopfes fur die Hohenverstellung an den
oberen Anschlag fahren.

3. Das Objektiv mit der grofstmoglichen Apertur
am Objektivrevolver in Position schwenken.

Eine Probe auf dem Probentisch platzieren.
5. Die Probe fokussieren.
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6. Die Leuchtfeldblende so weit schliefRen, dass sie
im Sehfeld erkennbar wird (wenn auch
verschwommen).

7. Den Kondensor durch Drehen des Randel-
knopfes fur die Hohenverstellung absenken, bis
der Rand der Feldblende scharf erscheint.

8. Die Leuchtfeldblende mithilfe der Justier-
schrauben auf dem Kondensortrager
zentrieren.

9. Die Leuchtfeldblende so weit 6ffnen, dass der Rand der Blende aus dem Sehfeld
verschwindet.

10. Ein Okular abnehmen und durch das Hilfsmikroskop ersetzen.

11. Die Zentrierung der Dunkelfeldblende in der Objektivaustrittspupille Uberprifen.
- Die Objektivaustrittspupille muss gleichmafSig dunkel erscheinen.

12. Die Dunkelfeldblende bei Bedarf zentrieren [» 131].

13. Wenn erforderlich, das Hilfsmikroskop entfernen.

14. Das Okular einsetzen.

15. Die Kondensorhéhe durch Drehen des entsprechenden Randelknopfes so einstellen, dass
keine helleren Bereiche mehr im Sehfeld zu erkennen sind.

16. Die Leuchtfeldblende auf die Sehfeldgréf3e einstellen.
= Damit ist die Beleuchtung fir Durchlicht-Dunkelfeld-Mikroskopie eingestellt.

Info

Die Dunkelfeld-Mikroskopie erfordert eine wesentlich grofRere Sauberkeit der Proben als
andere Mikroskopieverfahren. Insbesondere Fingerabdriicke, Schmutz- oder Staubpartikel
wirken sich negativ aus, da sie den Hintergrund des Sehfelds heller erscheinen lassen und so
den Kontrast des Objektbilds verringern.
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5.4.3 Gerat fiir die Durchlicht-Phasenkontrast-Mikroskopie einrichten

Voraussetzung v~ Das Mikroskop ist betriebsbereit.

v/ Es sind Phasenkontrastobjektive mit den Phasenringen PhC 1, PhC 2 oder PhC 3 montiert
[» 55].
v/ Es ist ein Kondensor mit einer Modulatorscheibe inkl. zentrierbarer Phasenringblenden PhC 1,
PhC 2 und PhC 3 montiert [) 59].
Verfahren 1. Das Phasenkontrastobjektiv in den Strahlengang schwenken (z. B. Ph1).

2. An der Revolverscheibe des Kondensors die Phasenringblende mit derselben Bezeichnung
wie das Objektiv (z. B. Ph1) einschalten.

3. Anstelle eines Okulars [» 54] ein Hilfsmikroskop einsetzen.

4. Mit der Einstellvorrichtung am Hilfsmikroskop die Phasenringblende und den Phasenring in
der Objektivaustrittspupille scharf stellen.

5. Die Zentrierung und die Uberlagerung der

[ B
helleren Phasenringblende (im Kondensor) mit
dem dunkleren Phasenring (im Objektiv) prifen.
Beide Ringe mussen zentriert sein und sich ©
Uberlagern ﬂ

6. Wenn die Uberlagerung nicht perfekt ist , die hellere Phasenringblende erneut
zentrieren [» 132].

7. Das Hilfsmikroskop entfernen und das Okular wieder einsetzen.

Info

Zur Steigerung des Bildkontrastes kann ein griines Interferenz-Breitbandfilter 32 x 4 auf die
Feldblende montiert oder in den Farbglastrager (sofern vorhanden) eingelegt werden.

5.4.4 Gerat fiir die Durchlicht-Polarisation einrichten

Bei folgenden Mikroskoptypen kénnen Polarisationsverfahren im Durchlicht angewendet werden:
= Axiolab 5 Pol-DL (430037-9130-000)

= Axiolab 5 Pol-DL/Konoskopie (430037-9042-000)

= Axiolab 5 Pol-DL/AL (430037-9032-000)

Die folgenden Voraussetzungen mussen erfullt sein:

= Das Mikroskop ist betriebsbereit.

= Im Objektivrevolver [» 55] sind spannungsfreie Objektive installiert.

= Es st ein Drehtisch installiert [» 120].

= Esist ein Polarisator D (fest oder drehbar) installiert [» 128].

= Ein Analysatorschieber D, fest, oder ein Lambda-Kompensator oder Lambda/4-Kompensator
ist verflgbar.

= Im Tubus ist ein Depolarisator zur Vermeidung unerwiinschter Polarisationseffekte installiert.
= Das Mikroskop ist fir Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie [} 67] eingestellt.

= Der Drehtisch ist zentriert [» 121].

= Die Objektive sind zentriert [» 122].
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5.4.4.1 Doppelbrechung erkennen

Das Verfahren ist im Kapitel Doppelbrechung erkennen [» 45] beschrieben.

J

BEl Aufnahmeschlitz fiir den Analysator/ Polarisator
Kompensator

Drehtisch Il Analysator

Verfahren 1 pen polarisator in den Strahlengang schwenken.
2. Drehbaren Polarisator auf 0° stellen.

3. Den Analysator n in den Aufnahmeschlitz fir den Kompensator einschieben.
- Das Sehfeld erscheint dunkel.
4. Die Probe in das Sehfeld einbringen.

Die Probe mit dem Drehtisch drehen.

- Doppelbrechende (anisotrope) Objekte zeigen nun in der Regel die bereits beschriebenen
Interferenzfarben und Intensitatsvariationen wahrend des Drehens zwischen gekreuzten
Polarisatoren.

Optisch anisotrope Substanzen kénnen allerdings auch dunkel bleiben, wenn eine
isotrope Richtung, z. B. von optisch einachsigen oder zweiachsigen Kristallen, parallel zur
Beobachtungsrichtung verlauft.
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5.4.4.2 Polarisationsrichtung bestimmen

Voraussetzung

Verfahren

Das Verfahren ist im Kapitel Polarisationsrichtung bestimmen [ 45] beschrieben.

v
v

—_

O ® N o Uk

10.

11.

12.

Es ist ein Okular mit Fadenkreuz-Strichplatte montiert [» 54].

Eine Justierprobe Pol fur Polarisationsmikroskopie ist verfligbar.

Den Polarisator in den Strahlengang schwenken.
Drehbaren Polarisator auf 0° stellen.

Den Analysator in den Aufnahmeschlitz fir den Kompensator einschieben oder das Analy-
satormodul auf dem Reflektorrevolver/Schieber einschwenken.

- Das Sehfeld erscheint dunkel.

Die Justierprobe Pol auf das Mikroskop auflegen.

Den Drehtisch drehen, bis die Justierprobe dunkel erscheint.

Den Analysator aus dem Strahlengang entfernen.

Die Strichplatte des Okulars an den Spaltrissen der Justierprobe ausrichten.
Den Analysator wieder in den Strahlengang bringen.

Die Justierprobe entfernen.

- Die Durchlassrichtungen des Polarisators und des Analysators verlaufen parallel zum
Fadenkreuz der Strichplatte (Polarisator: Ost-West, Analysator: Nord-Sud).

Den Drehtisch mit der Probe, z. B. einer Kunstfaser, so lange drehen, bis die Probe am
dunkelsten erscheint.

- Die Faser verlauft parallel zu einem der beiden Striche des Fadenkreuzes.

Den Drehtisch ca. 45° weiter drehen, bis die Langsachse der Faser in Richtung Nordost-

Stdwest zeigt.

—> In dieser Position (Diagonalposition) erscheint die Probe am hellsten. Die Probe kann in
dieser Stellung jede beliebige Farbe annehmen.

Den Lambda-Kompensator einschieben (nur moglich bei Verwendung mit einem

einschraubbaren Analysator im Tubus oder in der Zwischenplatte).

—> Die Probe andert je nach ihrer Ausrichtung (Nordost-Stidwest oder Nordwest-Stidost) die
Farbe.

5.4.4.3 Gangunterschiede messen

Voraussetzung

Verfahren

Das Verfahren ist im Kapitel Gangunterschiede messen [} 47] beschrieben.

v

N —

Die Pupillendistanz am binokularen Tubus ist richtig eingestellt.

Die zu untersuchende Probe exakt in der Mitte der Okular-Strichplatte positionieren.
Die Apertur auf ca. 0,2 verringern.

Den Drehtisch drehen, bis die Probe beinahe in der Ausldschstellung ist, d. h. vollig dunkel
erscheint, und hier die 45°-Rastposition setzen.

Den Drehtisch einmal (um 45°) drehen, sodass die Probe in der Diagonalstellung steht
(Probe erscheint hell).

Den geeigneten Kompensator bestimmen [» 47].
Den gewahlten Kompensator bis zum Anschlag in den Aufnahmeschlitz schieben.
Die beiliegenden Anweisungen zur Vorbereitung und Durchfihrung der Messung befolgen.
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5.4.4.4 Zirkularpolarisationskontrast

Voraussetzung

Verfahren

Das Verfahren ist im Kapitel Zirkularpolarisationskontrast [} 47] beschrieben.

BEl Reflektorrevolver BEB Unterteil des Zirkularpolarisators

Hebel zur Drehung der Lambda/4-Platte [JEJ] Lambda/4-Platte im Oberteil des Zirku-

larpolarisators

BEl Justierschlitz Il Lambda/4-Kompensator (6 x 20)

v' Der Zirkularpolarisator D inkl. der zugehdrigen Lambda/4-Platte ist montiert.

v/ Das Analysatormodul ist im Reflektorrevolver montiert oder
das Stativ ist mit der Zwischenplatte fur den Analysatorschieber ausgestattet und der Analysa-
torschieber ist verflgbar.

v/ Der Lambda/4-Kompensator (6 x 20) ist verfligbar.

1. Die Probe entfernen.
—> Die weiteren Einstellungen zunachst ohne Probe vornehmen.

2. Das Unterteil des Zirkularpolarisators bis zur Rastposition in den Strahlengang
schwenken.

3. Das Analysatormodul am Reflektorrevolver einschwenken oder den Analysator-
schieber in die Zwischenplatte einschieben.

4. Bei voller Lichtintensitat die Ausloschung (Verdunkelung) des Sehfelds ohne Probe beur-
teilen.

5. Den Lambda/4-Kompensator ﬂ bis zum Anschlag in den Kompensatorschlitz oberhalb
des Objektivrevolvers einschieben.

6. Das Oberteil n des Zirkularpolarisators in den Strahlengang schwenken.

7. Den Hebel der Lambda/4-Platte des Zirkularpolarisators D drehen, bis das Sehfeld

dunkelgrau erscheint.
- Der Hebel zeigt 45° nach rechts.
- Damit ist die maximale Ausloschung erreicht.
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8. Die zu untersuchende Probe auf dem Probentisch platzieren.

- Die Proben erscheinen konstant und unabhangig von der Tischdrehung in ihrer charakte-
ristischen Interferenzfarbe, die von Material, Probendicke und -ausrichtung bestimmt
wird.

9. Zur Erkennung von Gicht oder Pseudogicht Kristallnadeln auswahlen, die in Gamma-Rich-
tung ausgerichtet sind (sieche Markierung auf der Lambdaplatte).

- Sind die parallel zur Gamma-Richtung der Lambdaplatte verlaufenden Kristallnadeln gelb
und die im rechten Winkel zur Gamma-Richtung verlaufenden Nadeln blau, dann handelt
es sich um Mononatrium-Urat-Kristalle (Gicht).

- Sind die parallel zur Gamma-Richtung der Lambdaplatte verlaufenden Kristallnadeln blau
und die im rechten Winkel zur Gamma-Richtung verlaufenden Nadeln gelb, dann handelt
es sich um Kalzium-Pyrophosphat-Kristalle (Pseudogicht).

5.4.4.5 Durchlicht-Polarisation mit dem Konoskopie-Stativ

Dieser Abschnitt gilt fur folgenden Mikroskoptyp:
= Axiolab 5 Pol-DL/Konoskopie (430037-9042-000)

Gefahr mechanischer Schaden

Die Drehknopfe A und BL und die zugehdrigen Stellrader sind in ihrer Bewegung aneinander
gekoppelt. Daher sollte immer nur ein Bedienelement auf einmal betatigt und die Bewegung
des anderen Elements nicht behindert oder blockiert werden. Andernfalls kann es zu mechani-
schen Schaden kommen.

» Immer nur eines der 4 Bedienelemente (Drehkndpfe, Stellrader) auf einmal betatigen.

Info

Wenn der Drehknopf BL auf Ein gestellt wird, wird der Drehknopf A automatisch ebenfalls
auf Ein gestellt, falls er nicht bereits auf dieser Position steht. Wird der Drehknopf A
hingegen auf Aus gestellt, dann wird der Drehknopf BL automatisch ebenfalls auf Aus
gestellt, falls er nicht bereits auf dieser Position steht.
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5.4.4.5.1 Doppelbrechung erkennen

Voraussetzung

Verfahren

Das Verfahren ist im Kapitel Doppelbrechung erkennen [» 45] beschrieben.

vy

BEl Aufnahmeschlitz fiir den Analysator/ Polarisator

Kompensator
Drehknopf A fir den Analysator Il stelirad fiir die Polarisationsrichtung des
Analysators
BEl Drehtisch I Lambda- oder Lambda/4-Kompensator
v' Die Beleuchtung ist fur Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie [» 67] nach KOHLER eingestellt.
v/ Ein Lambda- oder Lambda/4-Kompensator ist verfligbar.
1. Den Polarisator in den Strahlengang schwenken.
2. Drehbaren Polarisator auf 0° stellen.
3. Den Analysator mit dem Drehknopf A in den Strahlengang schwenken.
4. Den Analysator mit dem Stellrad n justieren, bis das Sehfeld dunkel ist.
5. Die Probe in das Sehfeld einbringen.
6. Die Probe mit dem Drehtisch drehen.

- Doppelbrechende (anisotrope) Objekte zeigen nun in der Regel die bereits beschriebenen
Interferenzfarben und Intensitatsvariationen wahrend des Drehens zwischen gekreuzten
Polarisatoren.

Optisch anisotrope Substanzen konnen allerdings auch dunkel bleiben, wenn eine
isotrope Richtung, z. B. von optisch einachsigen oder zweiachsigen Kristallen, parallel zur
Beobachtungsrichtung verlauft.

7. Falls erforderlich, den Lambda- oder Lambda/4-Kompensator | 6| zur Erkennung der

Doppelbrechung in den Aufnahmeschlitz fir den Kompensator einschieben.
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5.4.4.5.2 Polarisationsrichtung bestimmen

Das Verfahren ist im Kapitel Polarisationsrichtung bestimmen [ 45] beschrieben.

vy

BEl Aufnahmeschlitz fiir den Analysator/ Polarisator
Kompensator

Drehknopf A fir den Analysator Il stelirad fiir die Polarisationsrichtung des
Analysators

BEl Drehtisch I Lambda- oder Lambda/4-Kompensator

Voraussetzung Es ist ein Okular mit Fadenkreuz-Strichplatte montiert [) 54].

Der Lambda- oder Lambda/4-Kompensator ist verfligbar.

NRNIEN

Eine Justierprobe Pol fur Polarisationsmikroskopie ist verfligbar.
Verfahren Den Polarisator in den Strahlengang schwenken.

Drehbaren Polarisator auf 0° stellen.

Den Analysator mit dem Drehknopf A in den Strahlengang schwenken.

Den Analysator mit dem Stellrad n justieren, bis das Sehfeld dunkel ist.
Die Justierprobe Pol auf das Mikroskop auflegen.

Den Drehtisch drehen, bis die Justierprobe dunkel erscheint.

Den Analysator aus dem Strahlengang schwenken.
Die Strichplatte des Okulars an den Spaltrissen der Justierprobe ausrichten.

Den Analysator wieder in den Strahlengang bringen.
. Die Justierprobe entfernen.

=9 0N O A W N =

o

- Die Durchlassrichtungen des Polarisators und des Analysators verlaufen parallel zum
Fadenkreuz der Strichplatte (Polarisator: Ost-West, Analysator: Nord-Sud).

11. Den Drehtisch mit der Probe, z. B. einer Kunstfaser, so lange drehen, bis die Probe am
dunkelsten erscheint.

- Die Faser verlauft parallel zu einem der beiden Striche des Fadenkreuzes.
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12. Den Drehtisch ca. 45° weiter drehen, bis die Langsachse der Faser in Richtung Nordost-
Sudwest zeigt.

- In dieser Position (Diagonalposition) erscheint die Probe am hellsten. Die Probe kann in
dieser Stellung jede beliebige Farbe annehmen.
13. Den Lambda- oder Lambda/4-Kompensator ﬂ in den Aufnahmeschlitz II
einschieben.

—> Die Probe andert je nach ihrer Ausrichtung (Nordost-Stidwest oder Nordwest-Stidost) die
Farbe.

5.4.4.5.3 Gangunterschiede messen
Das Verfahren ist im Kapitel Gangunterschiede messen [} 47] beschrieben.

Voraussetzung v~ Die Beleuchtung ist fur Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie [} 67] eingestellt.
v' Die Pupillendistanz [» 63] am binokularen Tubus ist richtig eingestellt.

Verfahren 1. Die zu untersuchende Probe exakt in der Mitte der Okular-Strichplatte positionieren.
Die Apertur auf ca. 0,2 verringern.

Den Drehtisch drehen, bis die Probe beinahe in der Ausldschstellung ist, d. h. vllig dunkel
erscheint, und hier die 45°-Rastposition setzen.

4. Den Drehtisch einmal (um 45°) drehen, sodass die Probe in der Diagonalstellung steht
(Probe erscheint hell).

5. Den geeigneten Kompensator bestimmen [» 47].
Den gewahlten Kompensator bis zum Anschlag in den Aufnahmeschlitz schieben.
7. Die beiliegenden Anweisungen zur Vorbereitung und Durchfihrung der Messung befolgen.

5.4.4.5.4 Optischen Charakter von Kristallen bestimmen

Das Verfahren ist im Kapitel Optischen Charakter von Kristallen bestimmen [} 48] beschrieben.

BEl Drehknopf BL fiir die Bertrand-Linse El Drehknopf A fiir den Analysator

BEN stellrad fiir die Polarisationsrichtung des [JEl] Stellrad zur Fokussierung der Bertrand-
Analysators Linse

Voraussetzung v~ Es ist ein spannungsfreies Objektiv eingeschraubt; Empfehlung:
- Objektiv N-Achroplan 50 x/0,8 Pol oder
- Objektiv EC Plan-Neofluar 40 x/0,9 Pol

v/ Es ist ein geeigneter Kondensor 0,9 Pol montiert.

v/ Die Beleuchtung ist fir Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie [» 67] eingestellt.
Verfahren 1. Eine Probe auf dem Probentisch platzieren.

2. Die Probe fokussieren.

3. Den Analysator mit dem Drehknopf A in den Strahlengang schwenken.
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4. Bei Bedarf die Polarisationsrichtung des Analysators mit dem Stellrad andern.
Einen Kristall im Zentrum der Strichplatte mit Kreuzmarkierung platzieren.

6. Das Objektiv N-Achroplan 50 x/0,8 Pol oder EC Plan-Neofluar 40 x/0,9 Pol einschwenken
und mit dem Fokussiermechanismus scharf stellen.

7. Falls erforderlich, die Leuchtfeldblende so weit schlieRen, dass das zu untersuchenden Achs-
bild nicht von den Achsbildern benachbarter Kristalle Uberlagert wird.

- Der kleinste ausblendbare Kristallwert ist 170 pum.
8. Bei Bedarf die Bertrand-Linse BL einschalten.
- Das Achsbild erscheint im Sehfeld.

9. Das Achsbild mit dem Stellrad n scharf stellen.
10. Den optischen Charakter des Kristalls bestimmen.

Ul

5.4.4.5.5 Zirkularpolarisationskontrast

Das Verfahren ist im Kapitel Zirkularpolarisationskontrast [» 47] beschrieben.

- J

BEl Aufnahmeschlitz fiir den Analysator/ Unterteil des Zirkularpolarisators
Kompensator

Hebel zur Drehung der Lambda/4-Platte [JEJ] Lambda/4-Platte im Oberteil des Zirku-
larpolarisators

BEl Justierschlitz Il Drehknopf A fiir den Analysator
Lambda/4-Kompensator (6 x 20)

Voraussetzung v Es ist ein spannungsfreies Objektiv eingeschraubt; Empfehlung:
- Objektiv N-Achroplan 50 x/0,8 Pol oder
- Objektiv EC Plan-Neofluar 40 x/0,9 Pol

v/ Der Zirkularpolarisator D inkl. der zugehorigen Lambda/4-Platte ist montiert.
v/ Der Lambda/4-Kompensator (6 x 20) ist verfligbar.
v' Die Beleuchtung ist flr Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie [» 67] eingestellt.

Betriebsanleitung ZEISS Axiolab 5, Axiolab 5 materials | de | Rev. 9 | 430037-7444-000 81



5 Betrieb | 5.5 Auflichtverfahren einrichten ZEISS

Verfahren 1.

10.

Die Probe entfernen.

- Die weiteren Einstellungen zundchst ohne Probe vornehmen.

Den Analysator mit dem Drehknopf A ﬂ in den Strahlengang schwenken.

Das Unterteil des Zirkularpolarisators bis zur Rastposition in den Strahlengang
schwenken.

Bei voller Lichtintensitat die Ausléschung (Verdunkelung) des Sehfelds ohne Probe beur-
teilen.

Ist diese Einstellung nicht optimal, den Analysator ggf. ausrichten.

Den Lambda/4-Kompensator bis zum Anschlag in den Kompensatorschlitz ober-
halb des Objektivrevolvers einschieben.

Das Oberteil n des Zirkularpolarisators in den Strahlengang schwenken.

Den Hebel der Lambda/4-Platte des Zirkularpolarisators drehen, bis das Sehfeld
dunkelgrau erscheint.

—> Der Hebel zeigt 45° nach rechts.

- Damit ist die maximale Ausléschung erreicht.

Die zu untersuchende Probe auf dem Probentisch platzieren.

- Die Proben erscheinen konstant und unabhangig von der Tischdrehung in ihrer charakte-
ristischen Interferenzfarbe, die von Material, Probendicke und -ausrichtung bestimmt
wird.

Zur Erkennung von Gicht oder Pseudogicht Kristallnadeln auswahlen, die in Gamma-Rich-
tung ausgerichtet sind (sieche Markierung auf der Lambdaplatte).

- Sind die parallel zur Gamma-Richtung der Lambdaplatte verlaufenden Kristallnadeln gelb
und die im rechten Winkel zur Gamma-Richtung verlaufenden Nadeln blau, dann handelt
es sich um Mononatrium-Urat-Kristalle (Gicht).

- Sind die parallel zur Gamma-Richtung der Lambdaplatte verlaufenden Kristallnadeln blau
und die im rechten Winkel zur Gamma-Richtung verlaufenden Nadeln gelb, dann handelt
es sich um Kalzium-Pyrophosphat-Kristalle (Pseudogicht).

5.5 Auflichtverfahren einrichten

5.5.1 Gerat fiir Auflicht-Hellfeld-Mikroskopie einrichten

Das Verfahren ist im Kapitel Auflicht-Hellfeld-Mikroskopie mit dem Kéhler-Verfahren [» 49]
beschrieben.

Voraussetzung v
v
v
v

Verfahren 1.

Am Stativ ist eine Lichtquelle fir das Auflichtverfahren verfligbar.

Im Reflektorrevolver ist ein Reflektormodul Hellfeld ACR P&C fur Auflicht montiert.
Das Mikroskop wurde flr den Anwender eingestellt [» 63].

Das Mikroskop ist betriebsbereit.

Falls erforderlich, den AL-Knopf fir die
Auflichtbeleuchtung driicken.
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2. Die Bildhelligkeit mit dem Intensitats-/LM-
Knopf am Mikroskopstativ einstellen.

4. Das Objektiv 10 x in den Strahlengang
schwenken.

5. Am Reflektorrevolver die Position mit dem Hell-
feld-Reflektormodul in Position schwenken.

6. Die Probe scharf stellen.
Dabei nach Méglichkeit von der Probe weg
fokussieren, um eine Kollision des Objektivs mit
der Probe zu vermeiden.
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7. Das Randelrad der Aperturblende A auf eine
mittlere Position stellen.

8. Das Randelrad der Leuchtfeldblende F so
drehen, dass die Blende im Sehfeld erscheint.

9. Den Rand der Leuchtfeldblende mit dem Fokus-
siermechanismus scharf stellen.

10. Die Leuchtfeldblende so weit 6ffnen, dass der
Rand der Blende aus dem Sehfeld
verschwindet.

11. Ein Okular aus dem binokularen Tubus entfernen, um die Aperturblende (Kontrast) zu

justieren.

12. Mit dem bloBen Auge in den Tubus blicken oder ein Hilfsmikroskop anstelle des Okulars

verwenden.
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13.

14.
15.
16.

17.

[N

Die Aperturblende mit dem Randelrad auf 2/3
bis 4/5 des Durchmessers der Objektivaustritts-
pupille einstellen.

Fur die meisten Anwendungen bietet diese
Aperturblendeneinstellung den besten Kontrast
bei fast voller Auflésung und ist daher der opti-
male Kompromiss flr das menschliche Auge.

Das Okular wieder montieren.
Die kontrastreiche Auflichtprobe entfernen.

Mit den Fokussiermechanismen fir die Grob- und Feineinstellung nachfokussieren und die
Bildhelligkeit an die Auflichtprobe anpassen.

Nach jedem Objektivwechsel den Durchmesser der Aperturblende nachjustieren.

Damit ist die Beleuchtung nach dem KOHLER-Verfahren eingestellt.

Info

Niemals die Aperturblende zur Steuerung der Bildhelligkeit verwenden. Stattdessen den
Intensitats-/LM-Knopf fir die Beleuchtungsintensitat nutzen!

5.5.2 Gerat fiir Auflicht-Dunkelfeld-Mikroskopie einrichten

Das Verfahren ist im Kapitel Auflicht-Dunkelfeld-Mikroskopie mit dem Kbhler-Verfahren [» 50]
beschrieben.

Voraussetzung v~
v
v

NRNIRN

—_

Verfahren

N

Am Stativ ist eine Lichtquelle fir das Auflichtverfahren verfligbar.
Im Reflektorrevolver ist ein Reflektormodul Hellfeld ACR P&C fur Auflicht montiert.

Es ist ein geeignetes Objektiv fur die AL-Dunkelfeld-Mikroskopie montiert,
z. B. Epiplan-Neofluar, EC Epiplan-Neofluar, Epiplan mit der Zusatzbezeichnung ,,HD".

Das Mikroskop ist betriebsbereit.
Das Mikroskop ist fur Auflicht-Hellfeld-Mikroskopie [» 82] eingestellt.
Die abgebildete Leuchtfeldblende sollte sich knapp aufserhalb des Sehfelds befinden.

Falls der Kompensator 6 x 20 mm eingesetzt ist, Kompensator entfernen.

Die Objektivposition mit dem Dunkelfeldob- L

jektiv (HD) am Objektivrevolver in Position
schwenken.
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3. Am Reflektorrevolver das Dunkelfeld-Reflektor-
modul in Position schwenken.

4. Die Aperturblende A ganz 6ffnen.

5. Das Neutralfilter bei Bedarf ausschalten oder entfernen.
6. Eine Probe auf dem Probentisch platzieren.
7. Die Probe fokussieren.

= Damit ist die Beleuchtung fiir Dunkelfeld-Mikroskopie eingestellt.

5.5.3 Gerat fiir Auflicht-Polarisationsmikroskopie einrichten
Das Verfahren ist im Kapitel Auflicht-Polarisationsmikroskopie [» 50] beschrieben.

Voraussetzung v~ Am Stativ ist eine Lichtquelle fur das Auflichtverfahren verfligbar.
v' Im Reflektorrevolver ist ein Reflektormodul ACR P&C DIC, C-DIC oder Pol fur Auflicht montiert.

v Es ist ein geeignetes Objektiv flir AL-Polarisationsmikroskopie montiert,
z. B. Epiplan-Neofluar Pol, EC Epiplan-Neofluar Pol, Epiplan Pol mit der Zusatzbezeichnung
L HD".

AN

Das Mikroskop ist betriebsbereit.
v/ Das Mikroskop ist fur Auflicht-Hellfeld-Mikroskopie [» 82] eingestellt.

v/ Ein Analysatorschieber F mit Lambdaplatte oder Lambda-Kompensator oder Lambda/4-
Kompensator (6 x 20) ist verflgbar.
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Verfahren 1. Falls erforderlich, den AL-Knopf fir die
Auflichtbeleuchtung driicken.

2. Am Reflektorrevolver das Reflektormodul P&C
(far DIC oder Pol) in Position schwenken.

3. Den Analysatorschieber (oder den Lambda-
oder Lambda/4-Kompensator) in den Schlitz
6 x 20 mm einschieben.

4. Eine Probe auf dem Probentisch platzieren.

5. Das Pol-Objektiv mit der gewiinschten Vergrof3-
erung in Position schwenken.
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6.

7.

L,

Die Probe fokussieren.

Den Pol-Drehtisch drehen und dabei die Probe im jetzt vorhandenen Polarisationskontrast
beobachten.

Damit ist die Beleuchtung fir Polarisationsmikroskopie eingestellt.

5.5.4 Gerat fiir die Auflicht-Fluoreszenzmikroskopie einrichten

Dieser Abschnitt gilt fir folgenden Mikroskoptyp:

Axiolab 5 Bio-DL/FL (430037-9021-000, 430037-9120-000, 430037-9070-000)

Das Verfahren ist im Kapitel Auflichtfluoreszenzmikroskopie [» 50] beschrieben.

ab. Diese Strahlung kann Haut- oder Augenverletzungen verursachen.

Haut- oder Augenverletzungen aufgrund gefahrlicher Lichtemissionen
Die Lichtquelle gehort der Risikogruppe 3 nach IEC 62471 an und gibt LED- und UV-Strahlung

» Jede Einwirkung der Lichtaustrittsoffnung der Lichtquelle auf die Augen oder die Haut
vermeiden.

» Einwirkung der Strahlung auf die Haut vermeiden. Bei Bedarf geeignete Schutzausriistung/
Schutzkleidung verwenden.

» Vor dem Ein- oder Ausbau der Lichtquelle immer sicherstellen, dass diese ausgeschaltet ist.

Sachschaden durch Warmeabstrahlung

Mikroskopleuchten geben viel Warme ab; diese kann zu Schaden an den hitzeempfindlichen
Fluoreszenzfiltern flihren.

» Bei Verwendung eines Fluoreszenzfilters das Warmeschutzfilter nicht entfernen.

nfo

Die Justierung der Auflichtfluoreszenz wird erleichtert, wenn zunachst ein Objektiv mit mitt-
lerer Vergrofserung, z. B. EC Plan-Neofluar 20 x/0,50, und eine Probe mit hoher Fluoreszenz
verwendet werden. Demonstrationsproben konnen ebenfalls zu Beginn verwendet werden.

Voraussetzung v
v
v

Im Reflektorrevolver sind Reflektormodule FL P&C mit den dazugehorigen Filtersets montiert.
Eine Fluoreszenzabschirmung ist verflgbar.

Es ist ein geeignetes Objektiv fur die Fluoreszenzmikroskopie montiert,
z. B. EC Plan-Neofluar oder Fluar (UV-Anregung).

Das Mikroskop ist betriebsbereit.
Das Mikroskop ist fur Auflicht-Hellfeld-Mikroskopie [» 82] eingestellt.
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Verfahren 1. Die Fluoreszenzabschirmung in den Kompensa-
torschlitz oberhalb des Objektivrevolvers
einschieben.

2. Das Objektiv EC Plan-Neofluar am Objektivre-
volver einschwenken.

3. Zunachst die Durchlichtbeleuchtung durch
Driicken des DL-Knopfes einstellen.

4. Den Kondensorrevolver bei Bedarf in die Posi-
tion H (B) fur Durchlicht-Hellfeld (bzw. Phasen-
kontrast bei Verwendung eines Ph-Objektivs)
drehen.

5. Das zu untersuchende Probendetail suchen.
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6. Die Lichtintensitat durch Drehen des Intensi-

tats-/LM-Knopfes einstellen.

7. Die Probe fokussieren.

8. Das Reflektormodul FL P&C mit der

gewdlnschten Fluoreszenzfilterkombination
(abhangig von der Anregungsart) in den Strah-
lengang schwenken.

Mit dem LED-Auswahlknopf die gewinschte
LED (UV, B oder G) einschwenken.

VORSICHT Um Blendeffekte beim
Umschalten zwischen LEDs zu vermeiden,
sollte die Helligkeit zuvor etwas reduziert
werden.

m Beim Umschalten zwischen den
drei LEDs wird die aktuelle Hellig-
keitseinstellung iibernommen.
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10. Die Auflichtbeleuchtung durch Driicken des
AL-Knopfes einstellen.

11. Die Lichtintensitat fir die Auflichtbeleuchtung durch Drehen des Intensitats-/LM-Knopfes

einstellen.
12. Die Probe fokussieren.
— Damit ist die Beleuchtung fur die Fluoreszenzmikroskopie eingestellt.

5.6 Mikroskop ausschalten

Verfahren 1. Das Mikroskop am Ein/Aus-Schalter
ausschalten.

2. Das Mikroskop mit der Staubschutzhulle abdecken.
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6 Pflege und Wartung

6.1

Um die bestmdgliche Leistung des Mikroskops sicherzustellen, muss eine regelmafSige Wartung
durchgefihrt werden. Die Serviceprotokolle fiir das Mikroskop sind aufzubewahren.

Um die Betriebssicherheit und Zuverlassigkeit des Mikroskops zu erhalten, wird der Abschluss
eines ZEISS Protect Service Agreement empfohlen.

Info

FUr zusatzliche Informationen und detaillierte Beschreibungen in den mitgeltenden Doku-
menten nachschlagen oder den ZEISS Vertriebs- und Servicepartner fragen.

Sicherheit bei Reinigung und Wartung

Nur die hier beschriebenen vorbeugenden Mallnahmen ausflihren. Alle hier nicht beschriebenen
Wartungs- und Reinigungsarbeiten diirfen nur von einem autorisierten ZEISS-Servicevertreter
durchgeflihrt werden.

Jeder unbefugte Eingriff und jeder nicht bestimmungsgemafe Gebrauch kann Verletzungen und
Sachschaden zur Folge haben und fihrt zum Erléschen aller Gewahrleistungsanspriiche. Es durfen
nur Originalersatzteile von ZEISS verwendet werden.

A GEFAHR

Stromschlag durch stromfiihrende Teile

Ist das Mikroskop noch eingeschaltet, kann das Berthren stromfihrender Teile zu einem
Stromschlag oder zu Verbrennungen flhren.

» Das Mikroskop vor dem Offnen oder Reinigen ausschalten.

» Stromfuhrende Teile von der Elektrizitatsversorgung trennen.

Funktionsbeeintrachtigung durch Schmutz und Feuchtigkeit

Schmutz, Staub und Feuchtigkeit kdnnen die Funktion des Mikroskops beeintrachtigen und
Kurzschllsse verursachen.

» Die Staubschutzhulle verwenden, wenn das Mikroskop nicht verwendet wird.
» Die Liftungsschlitze mussen jederzeit frei bleiben.

» Regelmafige Wartungs- und Reinigungsarbeiten gemafs den Anweisungen in diesem
Dokument und den mitgeltenden Dokumenten durchfihren.

» Es darf keine Reinigungsflussigkeit oder Feuchtigkeit in das Innere des Mikroskops
gelangen.

» Bei Beschadigungen mssen die betroffenen Teile des Mikroskops auf3er Betrieb
genommen werden.
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6.2 Wartungsplan

6.3

6.3.1

Teile und
Werkzeuge

Verfahren

Um die optimale Leistungsfahigkeit des Mikroskops sicherzustellen, ist unbedingt eine vorbeu-
gende Wartung in regelmafSigen Abstanden durchzufiihren. Die empfohlenen Intervalle richten
sich nach der Gesamtbetriebszeit des Mikroskops.

Intervall Teil/Komponente
taglich Mikroskop
Wartungsarbeiten

Optische Flachen reinigen

»
»

Tatigkeit

Das Stromversorgungskabel
und den Stecker auf
maogliche Schaden prifen.

Werden Schaden festgestellt,
das Gerat ausschalten und
sofort vor unbeabsichtigter
Wiederinbetriebnahme
sichern. Einen qualifizierten
Experten zur Behebung des
Problems kontaktieren.

Beschadigung optischer Oberflachen durch unsachgemaf3e Reinigung
Staub langsam und vorsichtig von optischen Oberflachen entfernen.
Staub auf optischen Oberflachen mit einem Naturhaarpinsel entfernen oder mit einem

Gummibalg abblasen.

Optische Oberflachen nicht mit den Fingern berthren.

Optische Flachen kreisférmig in Richtung der
Optikkante mit leichtem Druck reinigen.

Sauberes Tuch
Wattestabchen

3. Mit einem fusselfreien Tuch nachtrocknen.

Optische Reinigungslosung (85 % n-Hexan und 15 Vol.-% Isopropylalkohol (IPA))
Fusselfreies Tuch

Wattestabchen oder sauberes Tuch bei Bedarf mit einer optischen Reinigungslésung
befeuchten.

FALSCH RICHTIG
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6.3.2 Wasserlosliche Verunreinigungen entfernen

Teileund # Sauberes Tuch

Werkzeuge ¢ f(sselfreies Tuch

Voraussetzung v~ Das Mikroskop und seine Komponenten sind ausgeschaltet und von der Stromversorgung
getrennt.

—_

Verfahren Ein sauberes Tuch mit Wasser benetzen.

—> Ein mildes Waschmittel kann dem Wasser (kein Losungsmittel!) zugegeben werden.
Den Bereich mit dem Tuch abwischen.

woN

Mit einem fusselfreien Tuch trocknen.

6.3.3 Sicherungen T 15 A/H 250 V austauschen

A GEFAHR

Stromschlag durch stromfiihrende Teile

Ist das Mikroskop noch eingeschaltet, kann das Berthren stromflhrender Teile zu einem
Stromschlag oder zu Verbrennungen fihren.

» Das Mikroskop vor dem Offnen oder Reinigen ausschalten.

» Stromfuhrende Teile von der Elektrizitatsversorgung trennen.

~

[ \.v&/

= §
BEl sicherung BEB sicherungshalter

Sicherungsfach

Teileund # 2 x Sicherung Typ T 15 A/H 250 V
Werkzeuge

AN

Voraussetzung Das Mikroskop ist ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt.

Verfahren 1. Wenn Sicherungen auslésen, muss zunachst nach der Ursache gesucht und ein evtl. vorlie-
gender technischer Fehler fachgerecht beseitigt werden.

Den Sicherungshalter auf der Rickseite des Stativs entfernen.

Die Sicherungen aus dem Sicherungshalter entnehmen.
Die neuen Sicherungen einsetzen.

Den Sicherungshalter zurlick in das Sicherungsfach schieben, bis er einrastet.
Das Mikroskop wieder in Betrieb nehmen.

o v ok w N
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6.3.4 Kreuztische

Die Stative des Axiolab 5 werden werksseitig mit dem vom Kunden bestellten Kreuztisch ausge-
stattet.

Der Reibungswiderstand der koaxialen Randelkndpfe wird werksseitig auf einen mittleren Wert
eingestellt.

Bei einem Austausch des Probentisches oder einer Anderung der Tischeinstellungen wie folgt
vorgehen:

6.3.4.1 Lange des Tischantriebs einstellen

BEl Koaxialer Randelknopf fiir die Y-Einstel- [l Koaxialer Randelknopf fiir die X-Einstel-
lung lung

Verfahren 1 pen koaxialen Randelknopf M i die Y-Einstellung innerhalb eines Bereichs von ca.
15 mm verschieben oder absenken.

2. Den koaxialen Randelknopf fur die X-Einstellung innerhalb eines Bereichs von ca.
15 mm verschieben oder absenken.
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6.3.4.2

Verfahren

Verfahren

Reibungswiderstand der koaxialen Randelknépfe am Tischantrieb einstellen

BEB Koaxialer Randelknopf fiir die Y-Einstel- [l Obere Lochmutter
lung

BEN Uuntere Lochmutter Il Koaxialer Randelknopf fiir die X-Einstel-
lung

Bl Justierstift

X-Antrieb

1. Den koaxialen Randelknopf fir die X-Einstellung n ganz nach unten schieben.

2. Den mitgelieferten Justierstift aus dem koaxialen Randelknopf fur die
Y-Einstellung EN herausnehmen.

3. Den Stift in eine der Bohrungen der unteren Lochmutter stecken.

4. Den koaxialen Randelknopf fir die X-Einstellung | 4 | festhalten und die Lochmutter mit
dem Justierstift im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die gew(inschte
Gangigkeit erreicht ist.

- Geringerer Reibungswiderstand: — (im Uhrzeigersinn)
GrolRerer Reibungswiderstand: + (gegen den Uhrzeigersinn)
Die Verstellung sollte nicht mehr als eine Umdrehung betragen.

Y-Antrieb

1. Den koaxialen Randelknopf fir die Y-Einstellung EN ganz nach oben schieben.
2. Den mitgelieferten Justierstift in die Bohrung der oberen Lochmutter stecken.

3. Den koaxialen Randelknopf flr die Y-Einstellung ll festhalten und die Lochmutter mit
dem Justierstift im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die gew(inschte
Gangigkeit erreicht ist.

- Geringerer Reibungswiderstand: — (im Uhrzeigersinn)
GrolRerer Reibungswiderstand: + (gegen den Uhrzeigersinn)
Die Verstellung sollte nicht mehr als eine Umdrehung betragen.

4. Den Justierstift wieder in den koaxialen Randelknopf flr die Y-Einstellung stecken.
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Die folgende Tabelle enthalt Hinweise zum Losen bekannter Probleme. Ist das Problem nicht
|6sbar oder besteht Unsicherheit wegen einer technischen Schwierigkeit, den lokalen ZEISS-
Servicevertreter ansprechen.

Symptom

Keine Beleuchtung
nach Einschalten des
Mikroskops

Schatten oder
ungleichmafige Bild-
helligkeiten im
Sehfeld; das Sehfeld
ist nicht vollstandig
sichtbar

Asymmetrische Bild-
scharfe, z. B. eine
Seite ist scharf, die
andere
verschwommen

Deutliche Fokusdiffe-
renzen nach Objek-
tivwechsel

Ursache

Der Objektiv- und/oder der
Reflektorrevolver sind nicht in
der richtigen Position einge-
rastet.

Die Justierstange/der Schalt-
knopf vis/fot am Fototubus ist
nicht in der richtigen Funktions-
stellung (Zwischenstellung).

Der Objektivrevolver mit
Objektiv ist nicht in der Raststel-
lung eingerastet.

Der Kondensor ist nicht richtig
eingestellt.

Die Aperturblende ist nicht
richtig eingestellt.

Die Leuchtfeldblende ist nicht
richtig eingestellt.

Das Filter wurde nicht richtig in
die Filteraufnahme eingesetzt.

Der Kondensor ist nicht richtig
eingestellt.

Der Objektivrevolver ist nicht in
seiner Raststellung eingerastet.

Die Probe ist nicht richtig auf
dem Kreuztisch befestigt.

Die einstellbaren Okulare sind
nicht richtig eingestellt.

Ein Pol-Okular wurde in einem
binokularen Tubus ohne
aufrechtes Bild verwendet.

Das Objektiv ist nicht voll-
standig eingeschraubt.

Die Tubuslinse ist entweder
nicht oder unnétigerweise
montiert.

MafB3nahme

Den Objektiv- und/oder den
Reflektorrevolver nach links oder
rechts drehen, um ihn in der rich-
tigen Position einzurasten.

Die Schubstange/den Schaltknopf
vis/fot in die richtige Funktions-
stellung (Endstellung) bringen.

Den Objektivrevolver mit Objektiv
einrasten.

Den Kondensor einstellen [) 67]
(justieren, zentrieren).

Die Aperturblende einstellen
[» 67] (Offnung).

Die Leuchtfeldblende einstellen
[» 67] (Offnung).

Das Filter richtig in die Filterauf-
nahme einsetzen.

Den Kondensor einstellen [} 67].

Den Objektivrevolver in der Rast-
stellung einrasten.

Die Probe korrekt auf den Proben-
halter aufbringen und befestigen.

Einstellbare Okulare einstellen
[» 63], um Augenfehlsichtigkeit
auszugleichen.

Ein passendes Okular verwenden.

Das Objektiv bis zum Anschlag
einschrauben.

Die Tubuslinse nach Bedarf
montieren oder entfernen.

Falls erforderlich, Servicepersonal
zur Uberprifung/Reparatur hinzu-
ziehen.
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Symptom

Geringes Auflosungs-
vermogen und
schlechter Bildkon-
trast

Linkes und rechtes
Sehfeld lassen sich
nicht zu einem Bild
zusammenfihren

Ursache

Die Aperturblende ist nicht
richtig eingestellt.

Der Kondensor ist nicht richtig
fokussiert, und die Frontoptik
0,9 ist nicht richtig ein- oder
ausgeschwenkt.

Verwendung einer falschen
Deckglasdicke bei Verwendung
von Durchlichtobjektiven fur
Deckglasdicke 0,17 mm.

Der Objekttrager wurde
verkehrt herum eingelegt.

Verwendung von Immersions-
objektiven ohne Immersionsol
oder mit nicht spezifiziertem
Immersionsol.

Luftblasen im Immersionsol.

Die Frontoptik eines Trockenob-
jektivs ist mit Immersionsél
verunreinigt.

Der Korrektionseinstellring ist
nicht auf die richtige Deckglas-
dicke eingestellt.

Schmutz oder Staub auf den
optischen Oberflachen von
Objektiven, Okularen, Konden-
soren oder Filtern.

Der Augenabstand (Pupillendi-
stanz) des Okulars ist nicht
richtig eingestellt.

Die einstellbaren Okulare sind
nicht richtig eingestellt.

Maflnahme

Die Aperturblende einstellen
[» 67] gemal3 2/3-Regel bzw.
Probenbeschaffenheit.

Den Kondensor fokussieren

[» 67], und die Frontoptik 0,9 in
die richtige Position ein- oder
ausschwenken.

Genormte Deckglaser mit
0,17 mm Dicke verwenden.

Den Objekttrager umdrehen,
sodass die Probenseite nach oben
zeigt.

Immersionsol 518 N oder 518 F
von ZEISS verwenden.

Den Olauftrag mit neuem Ol
wiederholen.

Die Frontoptik des Trockenobjek-
tivs reinigen.

Den Korrektionseinstellring auf
die richtige Deckglasdicke
einstellen.

Optische Bauelemente reinigen.

Die Pupillendistanz einstellen
[’ 63].

Einstellbare Okulare einstellen
[» 63], um Augenfehlsichtigkeit
auszugleichen.
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Symptom

Augen ermuden bei
Nutzung des Mikro-
skops

Schmutz oder Staub
im Sehfeld

Die LED-/Halogen-
lampe leuchtet nicht,
obwohl der Netz-
schalter eingeschaltet
ist

Ursache

Der Augenabstand (Pupillendi-
stanz) des Okulars ist nicht
richtig eingestellt.

Die einstellbaren Okulare sind
nicht richtig eingestellt.

Die Bildhelligkeit ist inakzep-
tabel.

Der binokulare Tubus ist
optisch/mechanisch nicht
korrekt justiert.

Der Kondensor ist nicht richtig
fokussiert, und die Frontoptik
0,9 ist nicht richtig ein- oder
ausgeschwenkt.

Die Aperturblende ist nicht weit
genug geoffnet.

Schmutz oder Staub auf opti-
schen Flachen von Objektiven,
Okularen, Kondensoren, Filtern
oder Proben.

Der Netzstecker steckt nicht in
der Netzsteckdose.

Die Lampe ist nicht montiert.

Die Lampe ist defekt.

Die Sicherungen sind defekt.

Die eingebaute Elektrik ist
maoglicherweise defekt.

Die Netzsteckdose liefert keine
Spannung.

Maflnahme

Die Pupillendistanz einstellen
[» 63].

Einstellbare Okulare einstellen
[» 63], um Augenfehlsichtigkeit
auszugleichen.

Die Helligkeit der Lampe
einstellen, oder ein Konversions-
filter einsetzen.

Servicepersonal zur Uberprifung/
Reparatur hinzuziehen.

Den Kondensor fokussieren

[» 67], und die Frontoptik richtig
in Position ein- oder
ausschwenken.

Die Aperturblende einstellen
[» 67] gemal3 2/3-Regel bzw.
Probenbeschaffenheit.

Optische Flcichen reinigen [» 93].

Den Netzstecker in Netzsteckdose
stecken. Sicherstellen, dass Steck-
dose und Gerat die gleiche Netz-
spannung aufweisen.

Die Lampe fur Durchlichtbeleuch-
tung montieren [» 132], oder die
Lampe fiir Auflichtbeleuchtung
montieren [» 137].

Die Lampe fir Durchlichtbeleuch-
tung austauschen [ 132], oder
die Lampe fir Auflichtbeleuch-
tung austauschen [» 137].

Die Sicherungen austauschen
[» 94].

Komponenten durch Serviceper-
sonal prifen und ggf. austau-
schen lassen.

Eine andere Netzsteckdose
verwenden.
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Symptom

Die Halogenlampe
flackert, instabile
Beleuchtungsinten-
sitat

Kein Licht im Okular

Ursache

Die Halogenlampe nahert sich
dem Ende ihrer Lebensdauer.

Das Stromversorgungskabel ist
nicht richtig installiert oder
beschadigt.

Der Stecker der LED-/Halogen-
lampe steckt nicht richtig in der
Steckdose.

Das System ist im ECO-Modus.

Die Lichtintensitat ist zu gering.

Das Licht wurde durch Driicken
des Knopfes AL/DL ausge-
schaltet.

Falsches Auflichtreflektormodul
wird verwendet oder fehlt.

Maflnahme

Die Lampe fur Durchlichtbeleuch-
tung austauschen [» 132], oder
die Lampe fiir Auflichtbeleuch-
tung austauschen [ 137].

Das Stromversorgungskabel
ordnungsgemafs installieren oder
austauschen.

Den Stecker der Durchlichtlampe
einstecken [» 132], oder den
Stecker der Auflichtlampe einste-
cken [» 137].

Den Knopf Intensitat/LM im
Uhrzeigersinn drehen, um das
System zu aktivieren.

Den Knopf Intensitat/LM im
Uhrzeigersinn drehen, um das
Licht heller einzustellen.

Knopf AL oder DL drlicken, je
nachdem, welche Anzeige
leuchtet (grun).

Den Reflektorrevolver Uberprifen
und sicherstellen, dass der
korrekte Reflektor verwendet
wird.
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7.1

Voraussetzung v~

Verfahren

Mikroskop auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Diese Funktion ist mit Bedacht zu verwenden, da sie alle bestehenden Konfigurationen zurlck-
setzt.

Das Gerat ist ab Werk folgendermaf3en eingestellt:

1.

Der Lichtmanager ist aktiviert, aber es sind keine Lichtintensitatswerte gespeichert.
Die Lichtintensitat ist auf den vorgegebenen Minimalwert eingestellt.

Alle gespeicherten Konfigurationen sind geldscht.

Das Mikroskop ist betriebsbereit.

Den Intensitats-/LM-Knopf 20 Sekunden lang
gedrlckt halten.

- Wahrend der Intensitats-/LM-Knopf zwischen 3 Sekunden und 20 Sekunden gedriickt
wird, blinkt die Signalleuchte ROT.

> Nach 20 Sekunden blinkt sie GRUN.

Wenn die Signalleuchte aufhort zu blinken und dauerhaft GRUN leuchtet, war die Zuriickset-
zung auf die Werkseinstellungen erfolgreich.
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8

8.1

Verfahren

8.2

Maximale
StoRfestigkeit

Zulassige
Temperatur

AuBlerbetriebnahme und Entsorgung

Dieses Kapitel enthalt Informationen zur AulSerbetriebnahme und Entsorgung des Mikroskops und
seinen Erweiterungen/Komponenten und Zubehdrteilen.

Aullerbetriebnahme

Werden das Mikroskop und seine Komponenten Uber einen langeren Zeitraum (z. B. mehrere
Monate) nicht genutzt, sollten sie vollstandig aufSer Betrieb genommen und gegen unbefugten
Zugriff gesichert werden.

A GEFAHR

Stromschlag durch stromfiihrende Teile

Ist das Mikroskop noch eingeschaltet, kann das Berthren stromflhrender Teile zu einem
Stromschlag oder zu Verbrennungen fihren.

» Das Mikroskop vor dem Offnen oder Reinigen ausschalten.

» Stromfuhrende Teile von der Elektrizitatsversorgung trennen.

1. Das Mikroskop ausschalten.
2. Den Netzstecker ziehen.
3. Das Mikroskop mit einer Staubschutzhtlle schiitzen.

Transport und Lagerung

Folgende Vorschriften sind vor und wahrend des Transports zu beachten:

= Kisten mussen beim Transport gesichert sein.

= Kisten nicht hin und her bewegen.

= Die Gewichtsangaben auf der Verpackung und dem Lieferschein sind zu beachten.

= Fur den Versand oder Transport ist nach Méglichkeit die Originalverpackung zu verwenden.

= Kisten wahrend des Transports oder der Lagerung nicht fallen lassen und keinen Stof3en
aussetzen. Alle Beschleunigungen mussen < 10 g betragen.

= Die Stofs- und Kippsensoren in der Verpackung bei der Lieferung und nach internen Trans-
porten auswerten.

Zulassige Temperatur beim Transport in der Verpackung:

= Zwischen -40 °C und +70 °C

= Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) unter 75 % bei 35 °C
Zulassige Temperatur bei der Lagerung:

= Zwischen +10 °C und +40 °C

= Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) unter 75 % bei 35 °C

Info

24 Stunden vor der Installation des Mikroskops mussen die Kisten die empfohlene Raum-
temperatur haben, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden, die fur die Strahlen-
gange sehr schadlich ist, und um die effektive Stabilitat des Mikroskops wahrend der Installa-
tion und der Tests zu gewahrleisten.
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8.3 Entsorgung

Das Mikroskop und seine Komponenten durfen nicht als Hausmull oder tber kommunale Entsor-
gungsunternehmen entsorgt werden. Die Entsorgung muss in Ubereinstimmung mit den
geltenden Vorschriften (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU) erfolgen. ZEISS hat in den Mitgliedsstaaten
der Europaischen Union ein Ricknahme- und Recyclingsystem fur Gerate eingerichtet, das eine
geeignete Wiederverwendung gemaf3 den genannten EU-Richtlinien sicherstellt. Fir eine Dekonta-
mination ist der Kunde verantwortlich.

Info

Detaillierte Informationen bezlglich Entsorgung und Recycling erhalten Sie bei Ihrem ZEISS
Vertriebs- und Servicepartner.

8.4 Dekontamination

Vor der Rucksendung gebrauchter Gegenstande an den ZEISS-Standort muss eine Dekontaminati-
onserklarung vorgelegt werden.

Kann keine zuverlassige Dekontamination gewahrleistet werden, so muss die Gefahr nach den
glltigen Vorschriften gekennzeichnet werden. Im Allgemeinen muss ein gut sichtbares Warnzei-
chen an dem Gegenstand selbst und aufsen an der Verpackung zusammen mit ausflhrlichen
Information zu der Art der Kontamination angebracht werden.
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9 Technische Daten und Konformitat

9.1

Gewicht und
Abmessungen

Standortvorausset-
zungen

Dieses Kapitel enthalt wichtige technische Daten sowie Informationen zur Konformitat.

Leistungsdaten und Spezifikationen

Anderungen der Spezifikationen bleiben aufgrund standiger technischer Weiterentwicklungen
vorbehalten.

Info

Die detaillierten Aufstellbedingungen sind bei Ihrem ZEISS Vertriebs- und Servicepartner zu
erfragen.

Hauptkomponenten Breite (mm) Tiefe (mm) Hohe (mm) Gewicht
(kg)
Stativ ohne Tubus ca. 210 ca. 304 ca.357,5 ca. 8 bis 20

Das Mikroskop darf nur in geschlossenen Raumen betrieben werden. Das Mikroskop sollte nicht in
der Nahe von Heizkorpern oder Fenstern mit direkter Sonneneinstrahlung aufgestellt werden. Das
Mikroskop muss sicher auf der Tischoberflache positioniert werden, um ein Verrutschen und
Herunterfallen zu verhindern.

Der Kunde ist selbst daftr verantwortlich, dass die Aufstellbedingungen fir das Mikroskop erfullt
werden und die geforderten Betriebsmittel schon bei der Aufstellung vorhanden sind.

Aufstellort
Hohe Uber dem Meeresspiegel

Luftdruck

Klimatisierung und

. Betriebstemperatur
Luftqualitat

Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Luftdruck/Hohe

Verschmutzungsgrad

Arbeitsumgebung

AusschliefSlich im Inneren von Gebauden
Max. 2000 m Uber dem Meeresspiegel

Min. 800 hPa

+10 °C bis +40 °C
<75%

800 bis 1060 hPa / < 2000 m Uber dem
Meeresspiegel

2

Geschlossene Raume
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Netzanschluss

LED-Beleuchtung
DL/AL

Halogenbeleuch-
tung DL/AL

LED-Beleuchtung
DL-Fluoreszenz

Spezifikationen
Stativ

Schutzklasse

Schutzart
Uberspannungskategorie
Nennwechselspannung
Nennfrequenz
Leistungsaufnahme
Netzstecker

Zusatzlicher Gebaudeschutzleiter

Sicherungen im Stativ

Leistungsaufnahme

Einstellung der Lichtquelle

Leistungsaufnahme

Einstellung der Lichtquelle

Wellenlangen optional

Fokussierung
Grobtrieb

Feintrieb

Hubbereich
Hohenanschlag
Objektivwechsel

Reflektormodulwechsel

I

IP20 (IEC 60529)

Il

100 bis 240 V (AC), +10 %

50 bis 60 Hz

Max. 100 VA

Lokaler Netzstecker wird mitgeliefert.

Das System muss jederzeit an einen
Gebaude-Erdungspunkt angeschlossen sein.

2 xT 3,15 A/H, 5x20 mm (gemaf3 IEC 127)

Max. 10 VA

Stufenlos ca. 10 bis 800 mA

Max. 35 VA

Stufenlos ca. 0,5 bis 12 V

385, 470, 505, 565, 625 nm

Manuelle Probentischfokussierung
Ca. 4 mm/Umdrehung

Ca. 0,4 mm/Umdrehung; 4 um Teilstrichab-
stand

Je nach Stativ 15 mm/30 mm
Ab Werk voreingestellt
Manuell

Manuell
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Spezifikationen

Typ Sehwinkel
Tubus

Binokularer Tubus 30°

30°/23

Binokularer Foto- 30°

tubus 30°/23 (50:50)

Binokularer Foto- 30°
tubus 30°/23
(100:100)

Binokularer Foto- 20°
tubus 20°/23
(100:100)

Binokularer Ergo- 15°
tubus 15°/23

(50/50), ausziehbar,

Hoéhe, aufrechtes

Bild

Binokularer Tubus 20°
20°/23

Binokularer Foto- 20°
tubus 20°/23 Pol
(100:100)

Binokularer Ergo- 20°
tubus 20°/23

(100/100), umge-

kehrtes Bild, HOhe

44 mm

Einstellung Einblickhohe* in
mm
- keine - 449/485
- keine - 449/485
- keine - 449/485
- keine - 442/481
Hohe, ausziehbar 410/509
- keine - 442/481
- keine - 442/481
Hohe 457/574

* Spanne zwischen unterer und oberer Okulareinstellung, z. B. 442/481 - 442 mm bis 481 mm

Alle Angaben beziehen sich auf einen Augenabstand von 65 mm.

9.2 Mitgeltende Normen und Vorschriften

Alle allgemeinen und nationalen Sicherheitsvorschriften sowie die geltenden Umweltschutzge-

setze und -vorschriften sind zu beachten.

Das Mikroskop erfullt die Anforderungen der folgenden Verordnungen und Richtlinien:

2011/65/EU

2015/863/EU

Richtlinie 2011/65/EU des Europadischen
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011
zur Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefdhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (RoHS)

Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 der
Kommission vom 31. Marz 2015 zur Ande-
rung von Anhang Il der Richtlinie 2011/65/EU
des Europaischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich der Liste der Stoffe, die Beschran-
kungen unterliegen (RoHS-Richtlinie Il1)
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EN 61010-1:2019 Sicherheitsbestimmungen fur elektrische
Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN IEC 61326-1:2021 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Labor-
gerate — EMV-Anforderungen — Teil 1: Allge-
meine Anforderungen

Gemalfs der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) sind das Mikroskop und sein Zubehor in die Geratekate-
gorie 9 (Uberwachungs- und Kontrollinstrumente einschlieRlich Uberwachungs- und Kontrollin-
strumenten in der Industrie) eingestuft worden. Sie fallen auch unter die Richtlinie 2012/19/EU
(WEEE).

Europaische und internationale Richtlinien/Normen: Weitere Informationen zu 1SO- und CSA-Zerti-
fikaten oder CE-Konformitatserklarungen sind bei lhrem ZEISS Vertriebs- und Servicepartner
erhaltlich.

ZEISS arbeitet nach einem zertifizierten Umweltmanagementsystem nach 1SO 14001. Das Mikro-
skop und seine Bauelemente wurden nach den gultigen umweltschutzrechtlichen Vorschriften
und Richtlinien der Europaischen Union entwickelt, geprift und produziert.

Gilt nur fir Axiolab 5 materials

2014/30/EU Richtlinie 2014/30/EU des Europadischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten Uber die elek-
tromagnetische Vertraglichkeit

2014/35/EU Richtlinie 2014/35/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereit-
stellung elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Span-
nungsgrenzen auf dem Markt

Gilt nur fir Axiolab 5

2017/746/EU Verordnung (EU) 2017/746 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 5. April 2017
Uber In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung
der Richtlinie 98/79/EG und des Beschlusses
2010/227/EU der Kommission

IEC 61010-2-101:2017 Sicherheitsbestimmungen fur elektrische
Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate -
Teil 2-101: Besondere Anforderungen an In-
vitro-Diagnostik-(IVD)-Medizingerate

EN IEC 61326-2-6:2021 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Labor-
gerate — EMV-Anforderungen — Teil 2-6:
Besondere Anforderungen an In-vitro-
Diagnostik-(IVD)-Medizingerate
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ZEISS

10 Zubehor und Systemerweiterungen

Nur das folgende Zubehor darf mit dem Mikroskop verwendet werden, da dessen Sicherheit von
ZEISS bestatigt wurde. Es durfen nur Originalteile von ZEISS verwendet werden. Im Voraus prifen,
ob das Mikroskop mit einer Systemerweiterung oder Zubehor nachgerustet werden kann.

Nach der Installation bzw. dem Umbau muss sorgfaltig geprift werden, ob sich das Mikroskop
und seine Systemerweiterungen/Zubehorteile in einem sicheren Betriebszustand befinden und ob
nicht benutzte Ports verschlossen sind. Fir Einzelheiten und SicherheitsmaSnahmen siehe zugeho-

rige Dokumente.

Info

Fir zusatzliche Informationen und detaillierte Beschreibungen in den mitgeltenden Doku-
menten nachschlagen oder den ZEISS Vertriebs- und Servicepartner fragen.

Name

Objektive

Schieber

Polarisatoren

Farbfilter

Beschreibung/Info

Die Leistung der Mikroskopobjektive beeinflusst die Bildqualitat Ihres
Mikroskops wie keine andere Systemkomponente. Ob Sie mit histolo-
gischen Proben, Zellproben oder ganzen Organismen arbeiten — die
Eignung von Mikroskopobijektiven fur hre Anwendung hangt von
verschiedenen Faktoren ab.

Weitere Informationen zu erhaltlichen und empfohlenen Objektiven
sind unter https://www.micro-shop.zeiss.com/de/de/shop/objectives
zu finden oder bei Ihrem ZEISS Vertriebs- und Servicepartner zu
erfragen.

Folgende Schieber sind erhaltlich:

= Analysatorschieber D/A, mit Lambdaplatte, 360° drehbar
= Analysatorschieber D/A, 360° drehbar

= Analysatorschieber D/A, 360° fest

= Analysatorschieber D/A, mit Lambdaplatte, jeweils drehbar um
+/- 10°

= Schieber 12 x 46, mit fokussierbarer Bertrand-Linse, flr Phasen-
kontrast und Konoskopie

Folgende Polarisatoren sind erhaltlich:

= Polarisator D, fest, demontierbar

= Polarisator D, 90°, drehbar, demontierbar

=  Polarisator, fest, mit Lambdaplatte, drehbar

= Polarisator, drehbar, mit Farbfiltertrager

= Zirkularpolarisator D

= Ubersichtseinrichtung fir Objektive 2,5 x/4 x fir Kondensoren
0,9/1,25 H

= Farbfiltertrager 3 x fir Filter d = 32 mm

Folgende Farbfilter sind erhaltlich:

= Interferenz-Breitbandfilter, grin, d =32 x 4
= Warmeschutzfilter KG 1, d=32x 2

= Neutraldichtefilter 0,06, d =32 x 2

= Neutraldichtefilter 0,25, d =32 x 2

= Polarisationsfilter 32 mm
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Name

Okulare

Kondensoren

Probentische

Probenhalter

Lichtquellen

Beschreibung/Info

Folgende Okulare und Zubehorteile sind erhaltlich:

Okular E-PL 10 x/23 GW, foc.

Okular PL 16 x/16 GW, foc.

Okular PL 10 x/23 GW, foc. POL mit Fadenkreuz
Okular PL 10 x/23 GW, foc.

Hilfsmikroskop

Lochblende D =30 mm

Folgende Kondensoren sind erhaltlich:

Ultra-Kondensor 1,2/1,4 (0,75-1,0)
Trockendunkelfeldkondensor 0,8/0,95 (0,6-0,75)
Kondensor 0,9/1,25 H

Kondensor 0,9 H Pol

Kondensor, achrom.-aplan. 0,9 HF

Kondensor, achrom.-aplan. 0,9 HF DF PhC DIC

Kondensor, achrom.-aplan. 0,9 HF Pol

Folgende Probentische sind erhaltlich:

Kreuztisch 75 x 30 R
Kreuztisch 75 x 50 R
Kreuztisch 75 x 50 L
Kreuztisch mit Zahnstange 75 x 30 R

Pol-Drehtisch, 360°, mit Klemmvorrichtung

Folgende Probenhalter sind erhaltlich:

Einzelobjekttragerhalter, Einhandbedienung mit Objektklammer

links
Obijekttragerhalter fir zwei Objekttrager 76 x 26
Aufsetzbarer Pol-Objektfihrer, 47 x 27 mm

Folgende Lichtquellen sind erhaltlich:

LED-Modul 625 nm fir FL
LED-Modul 505 nm fur FL
LED-Modul 470 nm flr FL
LED-Modul 385 nm fiir FL
LED-Modul 565 nm fiir FL
Beleuchtungseinheit DL/AL LED 10 Axiolab
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10 Zubehor und Systemerweiterungen | 10.1 Umstiilpbare Augenmuscheln einsetzen ZEISS

Name Beschreibung/Info
Tuben Folgende Tuben sind erhaltlich:
= Binokularer Ergofototubus 20°/23 (100:0/0:100), umgekehrtes
Bild
= Binokularer Fototubus, Pol, 20°/23 (100:0/0:100), hohenrichtiges
Bild

= Binokularer Tubus 30°/23, umgekehrtes Bild

= Binokularer Tubus 30°/23, héhenrichtiges Bild

= Binokularer Fototubus, 30°/23 (50:50), umgekehrtes Bild

= Binokularer Fototubus, 30°/23 (100:0/0:100), umgekehrtes Bild

= Binokularer Fototubus, 20°/23 (100:0/0:100), héhenrichtiges Bild

Kameras Folgende Kameras und Zubehorteile sind erhaltlich:
= Axiocam 202 mono (siehe separate Betriebsanleitung)
= Axiocam 208 color (siehe separate Betriebsanleitung)
= Kameraadapter 60N-C 2/3" 0,5 x
= Kameraadapter 60N-C 2/3" 0,63 x
= Kameraadapter 60N-C 1" 1,0 x
= Videoadapter 60 C 1/3" 0,4 x

10.1 Umstulpbare Augenmuscheln einsetzen

E——:

/
=m—{

El——

BEB Umstilpbare Augenmuscheln BEB srillenschutzring

BEN okular

Verfahren 1 pen Brillenschutzring vom Okular abnehmen.
2. Die umstulpbare Augenmuschel einsetzen.

Die Brillenschutzringe sitzen zuweilen sehr fest in der Okularnut, sodass ggf. ein stumpfer Gegen-
stand (Holzstab) bendtigt wird, um sie herauszulosen.
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10.2 Binokulare Tuben

10.2.1 Binokularer Tubus 30°/23

Zweck Binokulare Tuben werden zum Betrachten des Mikroskopbildes durch die Okulare verwendet.
Position Die binokularen Tuben sind oben am Stativ montiert.

Funktion Der Pupillenabstand und die Einblickhéhe kénnen mithilfe des binokularen Zwischenstiicks ange-
passt werden.

Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfugbar:

= Optional mit héhenrichtigem oder umgekehrtem Bild
= Sehwinkel 30°
= Sehfeld 23 mm

Abb. 30: Binokularer Tubus 30°/23
BEl okularfassung BEB Binokulares Zwischenstiick
Winkelskala I8 Ringschwalbenaufnahme
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10.2.2 Binokularer Fototubus Pol 20°/23 (100:0/0:100)

Zweck Binokulare Fototuben werden zum Betrachten des Mikroskopbildes durch die Okulare verwendet.
Uber den Kameraanschluss kann das Mikroskopbild an eine angeschlossene Kamera Gbertragen
werden.

Position Die binokularen Fototuben sind oben am Stativ montiert.

Funktion Die Pupillendistanz und die Einblickhohe kénnen mithilfe des binokularen Zwischenstlicks ange-
passt werden.

Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfugbar:

= Hoéhenrichtiges Bild

= Kameraanschluss mit schaltbarem Lichtverlauf (100:0/0:100)
= Sehwinkel 20°

= Sehfeld 23 mm

Abb. 31: Binokularer Fototubus Pol 20°/23 (100:0/0:100)

BEl okularfassung BEB Binokulares Zwischenstiick
BEJ \Winkelskala I3 Kameraanschluss
BEl  Auswahlischieber fiir Lichtverlauf I Ringschwalbenaufnahme

= Schieber eingeschoben: 100 %
Licht an die Okulare

= Schieber herausgezogen: 100 %
Licht an die Kamera. 100 % Licht
an die Kamera
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10.2.3 Binokularer Ergofototubus 20°/23 (100:0/0:100)

Zweck Binokulare Fototuben werden zum Betrachten des Mikroskopbildes durch die Okulare verwendet.
Uber den Kameraanschluss kann das Mikroskopbild an eine angeschlossene Kamera Ubertragen
werden.

Position Die binokularen Fototuben sind oben am Stativ montiert.

Funktion Die Pupillendistanz und die Einblickhdhe kénnen mithilfe des binokularen Zwischenstlicks ange-
passt werden.

Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfugbar:

= Hohenrichtiges Bild

= Kameraanschluss mit schaltbarem Lichtverlauf (100:0/0:100)
= Sehwinkel 20°

= Sehfeld 23 mm, davon nutzbar 22 mm

= Hohenverstellung 44 mm mit vertikaler Skala

Abb. 32: Binokularer Ergofototubus 20°/23 (100:0/0:100)

BEl okularfassung BEB Binokulares Zwischenstiick
BEN Winkelskala I3 Kameraanschluss
BEB  Auswahischieber fiir Lichtverlauf I Drehknopf fir Hohenverstellung (rechts
= Schieber eingeschoben: 100 % und links)
Licht an die Okulare
= Schieber herausgezogen: 100 %
Licht an die Kamera
Vertikale Skala I Ringschwalbenaufnahme
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10.3 Probentische

10.3.1 Kreuztisch und Probenhalter montieren

Gewindebohrungen auf der Unterseite
des Probentisches

Durchgangslocher im Probentischtrager
(4 x)
Befestigungsschraube (4 x) Innensechskantschlissel (3 mm)

Klemmschraube Probenhalter

Kreuztisch Probentischtrager

Teileund # Innensechskantschllssel, 3,0 mm
Werkzeuge

Verfahren 1 pen probentisch so auf den Probentischtrager ﬂ setzen, dass sich die Gewinde-

bohrungen an der Unterseite des Probentisches Gber den Durchgangslochern im
Probentischtrager befinden.

2. Vier Befestigungsschrauben von unten durch den Probentischtrager in den Proben-
tisch eindrehen.

3. Den Probentisch durch Drehen in XY-Richtung ausrichten und die Befestigungsschrauben
festziehen.

4. Den Probenhalter ﬂ auf den Probentisch aufsetzen und die beiden
Klemmschrauben eindrehen.
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10.3.2 Kreuztisch und Probenhalter demontieren

n Gewindebohrungen auf der Unterseite Durchgangslocher im Probentischtrager
des Probentisches (4 x)

Befestigungsschraube (4 x) I8 nnensechskantschliissel (3 mm)

BEB Klemmschraube I Probenhalter

Kreuztisch EN Probentischtrager

Teileund # Innensechskantschlissel, 3,0 mm
Werkzeuge

Verfahren 1 pije peiden Klemmschrauben am Probenhalter ﬂ I8sen.

2. Probenhalter entfernen.

3. Den Probentisch festhalten und die vier Befestigungsschrauben am Probentisch-
trager herausdrehen.

4. Den Probentisch nach oben vom Probentischtrager n abnehmen.
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10.3.3 Kreuztisch 75 x 30 R

Zweck Kreuztische werden zum Fixieren und Positionieren der zu untersuchenden Proben verwendet.
Position Die Kreuztische werden auf den Probentischtrager des Stativs montiert.

Funktion Die Probe wird mithilfe des Probenhalters auf dem Probentisch fixiert. Zu diesem Zweck ist der
Probenhalter mit einer Objektklammer versehen.

Die Probe wird mittels der beiden Koaxialantriebe fir die X- und Y-Richtung im Strahlengang posi-
tioniert. Der Einstellbereich ist am entsprechenden Nonius ablesbar.

Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfligbar:

= Kreuztisch

= Koaxialantriebe in X- und Y-Richtung auf der rechten Seite (R)
= Verfahrbereich 75 x 30 mm

= Mit harteloxierter Oberflache

;,
<

Abb. 33: Kreuztisch 75 x 30 R

BEl Objektklammer BEB Réndelschraube (2 x) zur Befestigung
des Probenhalters am Probentisch

BEN Probenhalter fir einen Objekttrager Il Noniusskala zur Anzeige des Einstellbe-
reichs in X-Richtung

BEl Koaxial-Randelknopf fur Y-Einstellung  [Jfll Koaxial-Réndelknopf fir X-Einstellung

Noniusskala zur Anzeige des Einstellbe-
reichs in Y-Richtung
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10.3.4 Kreuztisch 75 x 30 R

Zweck Kreuztische werden zum Fixieren und Positionieren der zu untersuchenden Proben verwendet.
Position Die Kreuztische werden auf den Probentischtrager des Stativs montiert.

Funktion Die Probe wird mithilfe des Probenhalters auf dem Probentisch fixiert. Zu diesem Zweck ist der
Probenhalter mit einer Objektklammer versehen.

Die Probe wird mittels der beiden Koaxialantriebe fir die X- und Y-Richtung im Strahlengang posi-
tioniert. Der Einstellbereich ist am entsprechenden Nonius ablesbar.

Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verflgbar:

= Probentisch mit Zahnstange und Ritzel

= Koaxialantriebe in X- und Y-Richtung auf der rechten Seite (R)
= Verfahrbereich 75 x 30 mm

= Mit harteloxierter Oberflache

Abb. 34: Kreuztisch 75 x 30 R

BEl Objektklammer Randelschraube (2 x) zur Befestigung

des Probenhalters am Probentisch

BEN cinzelobjekttragerhalter Noniusskala zur Anzeige des Einstellbe-

[ 2
o]
reichs in X-Richtung
BEl zahnstange | 6 |
[ 8

Koaxial-Randelknopf fur X-Einstellung

Koaxial-Randelknopf fir Y-Einstellung

Noniusskala zur Anzeige des Einstellbe-
reichs in Y-Richtung
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10.3.5

Zweck

Position
Funktion

Drehtisch Pol 360° mit Probenfiihrung

Drehtische werden zum Fixieren und Positionieren von Proben flr die Untersuchung unter polari-
siertem Licht verwendet.

Die Drehtische werden auf den Probentischtrager des Stativs montiert.

Die Probe wird mithilfe der Probenfiihrung auf dem Probentisch fixiert. Zu diesem Zweck ist die
Probenfiihrung mit einer Objektklammer versehen.

Die Probe wird mittels der beiden Randelkndpfe der Probenfliihrung im Strahlengang positioniert.
Der Einstellbereich ist am entsprechenden Nonius ablesbar.

Folgende Funktionen und Bedienelemente sind verfligbar:

= Optional ausgestattet mit: aufsetzbarer Probenflihrung flr den Einsatz von genormten Objekt-
tragern 45 x 25 mm und 75 x 25 mm (3" x 17)

= 360°-Drehung mit Arretierung
= Rastpositionen alle 45°; mittels Drehknopf aktivier- und deaktivierbar

Abb. 35: Drehtisch Pol 360° mit Probenftihrung

BEl Frobenfihrung BEB Rindelknopf fir die Einstellung in
Y-Richtung
Randelknopf flr die Einstellung in X- Il Klemmschraube (2 x, AF 2) zur Befesti-
Richtung gung der Probenfuhrung am Proben-
tisch

Randelschraube als Feststellschraube,
360°-Drehung moglich

Noniusskala zur Anzeige des Einstellbe-
reichs in X-Richtung

En
Objektklammer
ER

Rastposition alle 45°

Noniusskala zur Anzeige des Einstellbe- Drehknopf zum Aktivieren und Deakti-
reichs in Y-Richtung vieren der Rastung
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10.3.5.1 Drehtisch und Probenfiihrung oder Klemmvorrichtung demontieren

BB Klemmvorrichtung BEB Riéndelschraube als Feststellschraube
Federstift I3 schraubkappe

B Probentischtrager flr Drehtische n Klemmschraube (2 x)
Probenfuhrung BEN Drehtisch

e

Teile und Innensechskantschlissel, 2,0 mm

Werkzeuge

Verfahren 1 pije Schraubkappe A . Federhaus I6sen (ca. drei Umdrehungen).

Den Drehtisch ﬂ vorne gegen den Federstift drucken, hinten aus dem Probentisch-
trager herausheben und nach oben abnehmen.
Die Schraubkappe wieder festziehen.

Die beiden Klemmschrauben ﬂ an der Probenflihrung (falls montiert) 16sen.
Die Probenflihrung nach oben abnehmen.

N

o vk~ W

Die Klemmvorrichtung (falls montiert) vom Drehtisch abnehmen.
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10.3.5.2 Drehtisch und Probenfiihrung oder Klemmvorrichtung montieren

BB Klemmvorrichtung BEB Riéndelschraube als Feststellschraube
BEN rederstift I3 schraubkappe

B Probentischtrager flr Drehtische n Klemmschraube (2 x)
Probenfuhrung BEN Drehtisch

Verfahren 1 pje Schraubkappe am Federhaus ca. drei Umdrehungen weit 16sen.

2. Den Drehtisch | 8 | mit der Nut der Ringschwalbe (Probentischunterseite) auf den Feder-
stift setzen.

3. Den Drehtisch so aufsetzen, dass die Feststellschraube (Randelschraube) nach vorne
rechts zeigt.

4. Den Drehtisch vorne gegen den Federstift driicken, dann hinten in den
Probentischtrager einsetzen und loslassen.

5. Die Schraubkappe wieder festziehen.

6. Bei Bedarf die Klemmvorrichtung in die vorgesehenen Bohrungen einsetzen.

7. Bei Bedarf die Probenfiihrung mit den beiden Zylinderstiften auf der Unterseite in die

vorgesehenen Bohrungen einsetzen und die beiden Klemmschrauben ﬂ festziehen.
Hierflir einen Innensechskantschlissel 2 mm verwenden.
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10.3.5.3 Drehtisch zentrieren

Bei leistungsstarken Objektiven kann nur ein ausgewahltes Objektiv exakt zentriert werden.

Alle Probentische sind ab Werk vorzentriert, d. h. bei Drehung des Probentisches bleibt ein einge-
stelltes Probendetail in der Bildmitte. Bewegt sich das Probendetail wahrend der Tischdrehung aus
der Mitte des Sehfelds heraus, sollte der Probentisch erneut zentriert werden.

W

\

BEl Probendetail BEB Zzentrierschraube (2 x)
BEN schraubkappe Il Randelschraube als Feststellschraube

Teileund # Innensechskantschlissel, 1,5 mm

Werkzeuge
Voraussetzung Der Drehtisch ist auf dem Probentischtrager montiert.

Eine kontrastreiche Probe und ein Okular mit Strichplatte sind verfugbar.

Das Mikroskop ist flr Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie [» 67] eingestellt.

AN

Verfahren 1. Die nicht zentrierbare Objektivposition am Objektivrevolver einschwenken.

2. Die gerandelte Feststellschraube n und die Schraubkappe am Probentischtrager
[Gsen.

3. Durch Drehen des Probentisches die maximale Auslenkung des Probendetails ll
(Ausgangspunkt des Pfeils) zum Mittelpunkt der Okular-Strichplatte ermitteln.

4. Das Probendetail durch Drehen der beiden Zentrierschrauben am Probentischtrager
eine halbe Pfeillange in Richtung der Strichkreuzmitte bewegen.

5. Prufen, ob sich das Probendetail bei erneuter Drehung des Probentisches bewegt und den
Vorgang bei Bedarf wiederholen.

6. Die Schraubkappe wieder festziehen.
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10.3.5.4 Objektive am Polarisationsstativ zentrieren

Zweck Bei einer nicht zentrierbaren Objektivposition ist eine Zentrierung des Probentisches erforderlich,
um zu gewahrleisten, dass ein Probendetail in der Sehfeldmitte beim Drehen des Probentisches
nicht nach auBen wandert. Durch die Zentrierung der verbleibenden Objektive bleibt das Proben-
detail auch nach einem Objektivwechsel in der Mitte des Sehfelds.

Der Objektivrevolver 5 x Pol ist mit einer festen und vier zentrierbaren Objektivpositionen ausge-
stattet.

"

BEl Probendetail BEB 'nnensechskantschlissel (1,5 mm)
BEM Zentrierschraube (2 x) W Griffrandel

Teileund # 2 x Innensechskantschlissel, 1,5 mm

Werkzeuge
Voraussetzung v~ Das Mikroskop ist fr Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie [» 67] eingestellt.
v' Der Drehtisch [» 121] ist zentriert.
v/ Eine kontrastreiche Probe und ein Okular mit Strichplatte sind verflgbar.

Verfahren 1. pyrch Drehen am Griffrandel M des Objektivrevolvers die nicht zentrierbare Objektivpo-
sition einschwenken.

N

Priifen, ob der Drehtisch fiir dieses Objektiv zentriert ist.
3. Den Objektivrevolver drehen, um eine zentrierbare Objektivposition in den Strahlengang zu
schwenken.

4. Durch Drehen des Probentisches die maximale Auslenkung des Probendetails ll
(Ausgangspunkt des Pfeils) zum Mittelpunkt der Okular-Strichplatte ermitteln.

5. Das Probendetail durch Drehen der beiden Zentrierschrauben an der Objektivposition
eine halbe Pfeilldnge in Richtung der Strichkreuzmitte bewegen.

6. Prifen, ob sich das Probendetail bei erneuter Drehung des Probentisches bewegt; den
Vorgang bei Bedarf wiederholen.

7. Die anderen drei Objektive analog zentrieren.
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104

10.4.1

Zweck
Position

10.4.2

Zweck
Position

10.4.3

Zweck
Position

Analysatorschieber

Analysatorschieber DL/AL, fest

Mit dem Analysatorschieber wird das Polarisationskontrastverfahren eingestellt.

Der Analysatorschieber wird in den Schlitz 12 x 46 der zwischen Stativ und Tubus montierten
Zwischenplatte fur den Analysatorschieber 12 x 46 eingeschoben.

Abb. 36: Analysatorschieber DL/AL, fest

BEl Leere Position EB Analysator
BEN Handgriff

Analysatorschieber DL/AL, mit Lambdaplatte, 360° drehbar

Mit dem Analysatorschieber wird das Polarisationskontrastverfahren eingestellt.

Der Analysatorschieber wird in den Schlitz 12 x 46 der zwischen Stativ und Tubus montierten
Zwischenplatte fir den Analysatorschieber 12 x 46 eingeschoben.

Abb. 37: Analysatorschieber DL/AL, mit Lambdaplatte, 360° drehbar
BEl Leere Position BEB Analysator und Lambdaplatte
BEEN Wwinkelskala I Griff zum Drehen der Lambdaplatte

Analysatorschieber DL/AL mit Lambdaplatte, jeweils drehbar um +/- 10°

Mit dem Analysatorschieber wird das Polarisationskontrastverfahren eingestellt.

Der Analysatorschieber wird in den Schlitz 12 x 46 der zwischen Stativ und Tubus montierten
Zwischenplatte fir den Analysatorschieber 12 x 46 eingeschoben.

Abb. 38: Analysatorschieber DL/AL mit Lambdaplatte, jeweils drehbar um +/- 10°
BEl Lcere Position IEB Analysator und Lambdaplatte
BEN Griff zum Justieren der Lambdaplatte ~ [JEMll  Griff zum Justieren des Analysators
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10.5 Polarisatoren

10.5.1 Polarisator D, fest, demontierbar

Zweck Der Durchlicht-Polarisator polarisiert das von der Durchlichtquelle ausgestrahlte Licht. Der Polari-
sator wird mit dem Griff in den Strahlengang oder aus dem Strahlengang heraus geschwenkt.

Position Der Polarisator ist an der Unterseite des Kondensortragers montiert.

Abb. 39: Polarisator D, fest, demontierbar

Bl Arretierstift BEB Griff zum Ein-/Ausschwenken des Pola-
risators
BEN Haltebolzen Il Verschlussklammer

10.5.2 Polarisator D, 90°, drehbar, demontierbar

Zweck Der Durchlicht-Polarisator polarisiert das von der Durchlichtquelle ausgestrahlte Licht. Der Polari-
sator wird mit dem Griff in den Strahlengang oder aus dem Strahlengang heraus geschwenkt.

Position Der Polarisator ist an der Unterseite des Kondensortragers montiert.

Abb. 40: Polarisator D, 90°, drehbar, demontierbar

Bl Arretierstift BEB Hebel zum Drehen des Polarisators
BEM Griff zum Ein-/Ausschwenken des Pola-  [JEll] Haltebolzen
risators

BEl Verschiussklammer
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10.5.3 Polarisator, fest, mit Lambdaplatte, drehbar

Zweck Der Durchlicht-Polarisator polarisiert das von der Durchlichtquelle ausgestrahlte Licht. Der Polari-
sator wird mit dem Griff in den Strahlengang oder aus dem Strahlengang heraus geschwenkt.

Position Der Polarisator ist an der Unterseite des Kondensortragers montiert.

Der Polarisator und die Lambdaplatte kdnnen separat ein- bzw. ausgeschwenkt werden.

W /—B
=S =

Abb. 41: Polarisator, fest, mit Lambdaplatte, drehbar

Bl Arretierstift BEB Hebel zum Drehen der Lambdaplatte

BEN Griff zum Ein-/Ausschwenken der Lamb- [JEll] Griff zum Ein-/Ausschwenken des Pola-
daplatte risators

BEl Haltebolzen I Verschlussklammer

Lambdaplatte, um 90° drehbar BEN Polarisator

10.5.4 Polarisator, drehbar, mit Farbfiltertrager

Zweck Der Durchlicht-Polarisator polarisiert das von der Durchlichtquelle ausgestrahlte Licht. Mithilfe des
Farbfiltertragers konnen optische Filterelemente in den Strahlengang eingebracht werden. Der
Polarisator und der Filtertrager werden mit dem Griff in den Strahlengang oder aus dem Strahlen-
gang heraus geschwenkt.

Position Der Polarisator wird zusammen mit dem Filtertrager an der Unterseite des Kondensortragers
befestigt.

Der Polarisator und der Filtertrdger kdnnen separat ein- bzw. ausgeschwenkt werden.

- A —iK
=g =

Abb. 42: Polarisator, drehbar, mit Farbfiltertrager

Bl Arretierstift BEB Griff zum Ein-/Ausschwenken des Pola-
risators
BEN Griff des Farbfiltertrigers Il Haltebolzen

BEl Verschlussklammer I rolarisator
Farbfiltertrager
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10.5.5 Zirkularpolarisator D

Zweck

Position

10.5.6

Zweck

Position
Funktion

Der Durchlicht-Polarisator polarisiert das von der Durchlichtquelle ausgestrahlte Licht. Der Polari-
sator wird mit dem Griff in den Strahlengang oder aus dem Strahlengang heraus geschwenkt.

Der Polarisator ist an der Unterseite des Kondensortragers montiert.

Ober- und Unterteil des Polarisators kénnen separat ein- und ausgeschwenkt werden.

Abb. 43: Zirkularpolarisator D

Bl Arretierstift BEB Hebel zum Drehen der Lambda/4-Platte,
90° mdglich
BEN Griff zum Ein-/Ausschwenken des Pola-  [JEJl]l Lambda/4-Platte im Oberteil des Zirku-
risator-Oberteils larpolarisators
BEl Verschlussklammer Il Haltebolzen
Unterteil des Zirkularpolarisators BEN  Griff zum Ein-/Ausschwenken des Zirku-

larpolarisator-Unterteils

BEN Justierschlitz (2x)

Ubersichtseinrichtung fiir Objektive 2,5 x/4 x

Die Ubersichtseinrichtung gewahrleistet die vollstandige Ausleuchtung des Sehfelds bei Verwen-
dung eines Objektivs mit schwacher Vergréferung (2,5 x bis 4 x) in Verbindung mit dem
Kondensor 0,9/1,25 H.

Die Ubersichtseinrichtung wird hinter dem Kondensortrager montiert.

Sie ist zentrierbar und verbleibt im Strahlengang, solange das entsprechende Objektiv verwendet
wird.

Die Ausleuchtung kann bei geringen ObjektivvergrofSerungen mit den Zentrierschrauben zentriert
werden. Dazu sollte der Kondensor ohne die Ubersichtseinrichtung zu den anderen Objektiven
zentriert sein.

=
Abb. 44: Ubersichtseinrichtung fur Objektive 2,5 x/4 x

BEl Zentrierschraube (2x) Bl Arretierstift

BEN Griff zum Ein- und Ausschwenken der  [JEJl] Haltebolzen
Ubersichtseinrichtung

BEl Verschiussklammer
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10.5.6.1 Ubersichtseinrichtung montieren und zentrieren

Teile und
Werkzeuge

Verfahren

Info

Die Ubersichtseinrichtung ist nur in Verbindung mit dem Kondensor 0,9/1,25 verwendbar.

L1
ER
L5 |

Randelknopf des Kondensortragers Bl Arretierstift
Stellhebel Il Justierschraube (2 x)
Haltebolzen I Ubersichtseinrichtung

Griff zum Ein- und Ausschwenken der
Ubersichtseinrichtung

/# 2 x Innensechskantschlussel, 1,5 mm

N

© N o w

Den Kondensortrager mit dem Randelknopf EN bis zum oberen Anschlag fahren.

Die Ubersichtseinrichtung | 6| parallel zur Unterseite des Kondensortragers halten und
den Haltebolzen mit dem abgewinkelten Stellhebel bis zum Anschlag in die
vordere linke Gewindebohrung des Kondensortragers einschrauben.

Den Haltebolzen mit dem Stellhebel bis zum Anschlag in die hintere Gewindebohrung
des Kondensortragers einschrauben.

Die Ubersichtseinrichtung mit dem Griff in den Strahlengang schwenken.

- Darauf achten, dass die Einrichtung sicher einrastet.

Das Mikroskop einschalten.

Durchlichtbeleuchtung einstellen.

Aperturblende und Leuchtfeldblende ganz 6ffnen.

An beiden Justierschrauben n drehen, bis das Sehfeld optimal ausgeleuchtet ist.
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10.5.7 Farbfiltertrager 3 x fiir Filter d = 32 mm

Zweck Mithilfe des Farbfiltertragers konnen optische Filterelemente in den Strahlengang eingebracht
werden. Die Filtertrager werden mit dem Griff in den Strahlengang oder aus dem Strahlengang
heraus geschwenkt.

Position Der Farbfiltertrager ist an der Unterseite des Kondensortragers befestigt.

Die drei Filtertrager kdnnen separat ein- und ausgeschwenkt werden.

Wﬂ

— K

a So) o
g /

S —— g~
Abb. 45: Farbfiltertrdger 3 x fur Filter d = 32 mm

Bl Arretierstift Griff zum Ein- und Ausschwenken des
ersten Filtertragers

BEN Griff zum Ein- und Ausschwenken des  [JElll Griff zum Ein- und Ausschwenken des

zweiten Filtertragers dritten Filtertragers
BEl Haltebolzen I Verschlussklammer
Erster Filtertrager BEN  Zweiter Filtertrager

BEN Dritter Filtertrager

10.5.8 Polarisator oder Farbfiltertrager am Kondensortrager montieren

Folgende Polarisatoren oder Filtertrager konnen am Kondensortrager montiert werden:
= Polarisator D, fest, demontierbar

= Polarisator D, 90° drehbar, demontierbar

= Polarisator, drehbar, mit Farbfiltertrager

= Polarisator, fest, mit Lambdaplatte, drehbar

= Zirkularpolarisator D, fest, mit drehbarer Lambda/4-Platte

= Farbfiltertrager 3 x fur Filter d = 32 mm
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Verfahren

10.6

Zweck

Position

BEB Rindelknopf des Kondensortragers Bl Arretierstift
BEN stelihebel I3 Polarisator
BEl Haltebolzen

1. Den Kondensortrager mit dem Randelknopf ll bis an den oberen Anschlag fahren.

2. Den Polarisator | 4 | oder Filtertrager parallel zur Unterseite des Kondensortragers halten

und den Haltebolzen mit dem abgewinkelten Stellhebel bis zum Anschlag in die
vordere linke Gewindebohrung auf der Unterseite des Kondensortragers einschrauben.

3. Den Haltebolzen mit dem Stellhebel bis zum Anschlag in die hintere Gewindebohrung
des Kondensortragers einschrauben.

Zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

DIC-Schieber C 6 x 20

Mit dem DIC-Schieber wird das DIC-Kontrastverfahren eingestellt.

Der DIC-Schieber wird in den Aufnahmeschlitz 6 x 20 oberhalb des Objektivrevolvers einge-
schoben.

Der DIC-Schieber ist in zwei Varianten erhaltlich:
= DIC-Schieber C 6 x 20 fir Objektive EC Epiplan 5 x - 20 x
= DIC-Schieber C 6 x 20 fiir Objektive EC Epiplan 50 x - 100 x

ST
Abb. 46: DIC-Schieber C 6 x 20

Bl stelrad IE3 stellschraube
BEN DiC-Prisma
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10.7

Kondensor, achromatisch-aplanatisch 0,9 HF DF PhC DIC

Zweck Kondensoren dienen zur Optimierung der Durchlichtbeleuchtung. Der Kondensor kann fur Hell-

Position

10.7.1

feld-, Dunkelfeld-, Phasenkontrast- und DIC-Anwendungen verwendet werden.

Der Kondensor wird auf den Kondensortrager des Stativs montiert.

B 5

m———
m———"

Abb. 47: Kondensor, achromatisch-aplanatisch 0,9 HF DF PhC DIC

BEl Frontoptik BEB Hebel zum Ein-/Ausschwenken der
Frontoptik (links/rechts)

Griffrandel zum Einstellen der Position  [JEl] Schieber zum Einstellen der Apertur-
am Revolverteller 5 x blende

BEl Ringschwalbenaufnahme Il Anzeigefeld fir die eingestellte Position
des Revolvertellers

Kondensor achromatisch-aplanatisch 0,9 HF DF PhC DIC montieren

Zentrierschraube (links/rechts) Frontoptik

Hebel zum Ein-/Ausschwenken der

[ 2

[ 4
Frontoptik (links/rechts)

[ 6

[ 8 |

Probentischtrager

Kondensortrager Randelknopf fiir die Hohenverstellung

des Kondensortragers

Federhaus Nut

Eingeschraubte Stiftschraube
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Verfahren 1 pen probentischtrager I (ithilfe des Fokus-
siermechanismus vorsichtig an den oberen
Anschlag fahren.
Sicherstellen, dass der Proben-
tisch nicht mit dem Objektiv kollidiert.
2. Die Frontoptik am Kondensor mit dem Hebel aus dem Strahlengang
schwenken.
3. Beide Zentrierschrauben am Kondensortrager herausdrehen, bis die Schraube-
nenden nicht mehr zu sehen sind.
4. Den Kondensortrager mithilfe des Randelknopfes ﬂ fur die Hohenverstellung ganz nach
unten fahren.
m Bei Verwendung einer Ubersichtseinrichtung darauf achten, dass diese
nicht auf der Leuchtfeldblende aufsetzt.
5. Den Kondensor zwischen dem Kondensortrager und dem Probentischtrégern
einsetzen. Dabei die Stiftschraube n auf der Unterseite des Kondensors an der Nut ﬂ
im Kondensortrager ausrichten.
6. Den Kondensor mit der Ringschwalbe gegen das Federhaus des Kondensortragers
driicken, bis der Kondensor waagrecht auf dem Kondensortrager sitzt.
7. Die Zentrierschrauben eindrehen, bis sie in die Ringschwalbe des Kondensors
eingreifen.
10.7.2 Dunkelfeldblende des Kondensors zentrieren
Teileund # 2 x Innensechskantschlussel, 1,5 mm
Werkzeuge
Voraussetzung v Es ist ein geeigneter Kondensor mit einer Modulatorscheibe montiert.
v/ Die Beleuchtung ist fur Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie eingestellt.
Verfahren 1. Die Modulatorscheibe auf Position D (oder DF = Dunkelfeld) stellen.
2. Ein Okular vom binokularen Tubus abnehmen oder durch das Hilfsmikroskop ersetzen.
3. Die Austrittspupille des Objektivs beobachten.
4. An den beiden Zentrierschrauben drehen, bis - N
die Austrittspupille des Objektivs gleichmafSig
dunkel erscheint.
5. Das Okular einsetzen.
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10.7.3 Phasenringblende des Kondensors zentrieren
Teileund # 2 x Innensechskantschlissel, 1,5 mm
Werkzeuge
Voraussetzung v Es ist ein geeigneter Kondensor mit einer Modulatorscheibe montiert.
v/ Die Beleuchtung ist fir Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie eingestellt.
Verfahren 1. Die Modulatorscheibe auf Position Ph (Phasenkontrast) stellen.
2. Ein Okular vom binokularen Tubus abnehmen oder durch das Hilfsmikroskop ersetzen.
3. Die Austrittspupille des Objektivs beobachten.
4. Die Zentrierung und die Uberlagerung der n
helleren Phasenringblende (im Kondensor) mit
dem dunkleren Phasenring (im Objektiv) prifen.
Beide Ringe mussen zentriert sein und sich ©
Uberlagern ﬂ
5. Wenn die Uberlagerung nicht perfekt ist , ™
die hellere Phasenringblende erneut zentrieren.
- J
6. Das Hilfsmikroskop entfernen und das Okular wieder einsetzen.
10.8 Lichtquelle fiir Durchlicht

A GEFAHR

Stromschlag durch stromfiihrende Teile

Ist das Mikroskop noch eingeschaltet, kann das Berthren stromfihrender Teile zu einem
Stromschlag oder zu Verbrennungen flhren.

» Das Mikroskop vor dem Offnen oder Reinigen ausschalten.

» Stromfuhrende Teile von der Elektrizitatsversorgung trennen.

/A\ VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heif3e Lichtquellen
Lichtquellen kdnnen bei der Verwendung heifs werden.
» Mindestens 15 min. abkulhlen lassen.
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10.8.1 Abdeckung entfernen (Durchlichteinheit)
Bl Klemmlasche IE3 Abdeckung
Voraussetzung v~ Das Mikroskop ist ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt.
Verfahren 1 pie klemmlasche IO an der Abdeckung nach unten dricken.
2. Die Abdeckung nach unten klappen.
3. Die Abdeckung aus den Haltenuten des Stativs entfernen.
4. Die Abdeckung beiseite legen.
Zum Einbauen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
10.8.2 Halogenlampe wechseln
e N
\
Bl schiaufen des Klemmbiigels IEl Halteelement
Halogenlampe I3 Lampenstecker
Voraussetzung v~ Die Abdeckung ist ausgebaut, siehe Abdeckung entfernen (Durchlichteinheit) [» 133].
Verfahren 1 pen Lampenstecker I o der Halogenlampe abziehen.

2. Den Klemmblgel der Lampenfassung an den Schlaufen II zusammendrlcken und nach
vorne herausklappen.

3. Die alte Halogenlampe herausnehmen.

4. Die neue Lampe mit der vorderen Unterkante zwischen Anlageflache und Klemmbugel plat-
zieren.
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5. Den Klemmblgel der Lampenfassung mit der Lampe anheben, bis Bligel und Lampe voll-
standig an der Lampenfassung anliegen.
- Dabei die Enden des Klemmbugels leicht zusammendricken und an den beiden oberen

Halteelementen vorbeiflihren.
- Die Enden loslassen, sodass der Klemmbugel sich ¢ffnet und auf beiden Seiten hinter den
Halteelementen einrastet.

Die Lampe auf korrekten Sitz prafen.
Den Lampenstecker auf die Stifte der Lampe stecken.
Auf richtigen Sitz des Steckers achten, damit die Stifte nicht verbiegen.

Das Kabel des Lampensteckers so in das Stativ fihren, dass es beim Einbau der Abdeckung
nicht beschadigt wird.

10. Die Abdeckung einsetzen, siehe Abdeckung entfernen (Durchlichteinheit) [» 133].

O N

10.8.3 LED-Leuchte wechseln

Zum Auswechseln der LED-Leuchte wie folgt vorgehen:
= Abdeckung abnehmen [} 133]

= LED-Leuchte inkl. Adapter ausbauen [) 135]

= LED-Leuchte im Adapter auswechseln [» 135]

= LED-Leuchte inkl. Adapter einbauen [ 136]

= Abdeckung anbringen [» 133]

10.8.3.1 LED-Leuchte ausbauen

/A VORSICHT

Augenschaden oder Hautreizungen aufgrund gefahrlicher Lichtemissionen

Die Lichtquelle gehort der Risikogruppe 2 nach IEC 62471 an und gibt LED- und UV-Strahlung
ab. Diese Strahlung kann Augenschaden oder Hautreizungen verursachen.

» Niemals direkt in die Lichtaustrittséffnung der Lichtquelle blicken.

» Einwirkung der Strahlung auf die Haut vermeiden. Bei Bedarf geeignete Schutzausriistung/
Schutzkleidung verwenden.

» Vor dem Ein- oder Ausbau der Lichtquelle immer sicherstellen, dass diese ausgeschaltet ist.

Bl schlaufen des Klemmbiigels Halteelement
BEN Leuchtenstecker Il LeD-Leuchte mit Adapter
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Voraussetzung v~ Die Abdeckung ist ausgebaut, siehe Abdeckung entfernen (Durchlichteinheit) [» 133].
Verfahren 1 pen LED-Leuchtenstecker aus der Buchse am Stativ ziehen.
2. Den Klemmbiugel der Lampenfassung an den Schlaufen EN zusammendrlcken und nach
vorne herausklappen.
3. Die alte LED-Leuchte zusammen mit dem Adapter n aus dem Haltetubus herausziehen.
10.8.3.2 LED-Leuchte im Adapter auswechseln
_\ _H
BEl seitliche Schraube Adapter
LED-Leuchte (alt) I3 LED-Leuchte (neu)
Teileund # Innensechskantschlissel, 2,5 mm
Werkzeuge
Verfahren Die drei seitlichen Schrauben M 1sen.

—_

Die alte LED-Leuchte aus dem Adapter herausnehmen.

Die neue LED-Leuchte n in den Adapter einsetzen.
Die drei seitlichen Schrauben am Adapter festziehen.

A wWoN
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10.8.3.3 LED-Leuchte montieren

Verfahren

BEB schlaufen des Klemmbiigels IEl Halteelement
Pinhole Il Leuchtenstecker
BEl LED-Leuchte mit Adapter Il Adapterkante

—_

Die neue LED-Leuchte zusammen mit dem Adapter bis zum Anschlag in den Halte-
tubus einschieben.

2. Die neue LED-Leuchte mit dem Pinhole nach oben, bzw. mit der Adapterkante ﬂ

zwischen Anlageflache und Klemmbligel ausgerichtet, ansetzen.

3. Den Leuchtenstecker n in die Buchse am Stativ stecken.

Den Klemmbugel der Lampenfassung anheben, bis er vollstandig an der Lampenfassung
anliegt.

- Dabei die Schlaufen des Klemmbugels [ 1| leicht zusammendricken und an den beiden
oberen Halteelementen vorbeifthren.

- Die Enden loslassen, sodass der Klemmbugel sich ¢ffnet und auf beiden Seiten hinter den
Halteelementen einrastet.

5. Die Abdeckung einsetzen, siehe Abdeckung entfernen (Durchlichteinheit) [» 133].
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10.9 Lichtquelle fiir Auflicht

A GEFAHR

Stromschlag durch stromfiihrende Teile

Ist das Mikroskop noch eingeschaltet, kann das Berthren stromfihrender Teile zu einem
Stromschlag oder zu Verbrennungen flhren.

» Das Mikroskop vor dem Offnen oder Reinigen ausschalten.
» StromflUhrende Teile von der Elektrizitatsversorgung trennen.

/A\ VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch hei3e Lichtquellen
Lichtquellen kdnnen bei der Verwendung heifs werden.

» Mindestens 15 min. abkuhlen lassen.

10.9.1 Abdeckung entfernen (Auflichteinheit)

El Abdeckung Klemmschraube

Teileund # Innensechskantschlissel, 3,0 mm
Werkzeuge

Voraussetzung v~ Das Mikroskop ist ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt.

Verfahren 1 - pje Klemmschraube aus der Abdeckung herausdrehen.

2. Die Abdeckung leicht nach oben schwenken und von unten dagegen drlicken, um sie vom
Stativ zu entfernen.

Zum Einbauen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
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10.9.2 Halogenlampe wechseln

BEB schlaufen des Klemmbiigels IEB Halogenlampe
BEM Lampenstecker

Voraussetzung v~ Die Abdeckung ist ausgebaut, siehe Abdeckung entfernen (Auflichteinheit) [ 137].

Verfahren

10.9.3

1.
2.

Den Lampenstecker von der Halogenlampe abziehen.

Den Klemmbugel der Lampenfassung an den Schlaufen ll zusammendrucken und nach
vorne herausklappen.

Die alte Halogenlampe herausnehmen.

Die neue Halogenlampe an der Anlageflache der Lampenfassung ansetzen (die Lampe wird
durch die Nut fixiert).

Den Klemmbdgel auf beiden Seiten der Lampenfassung zusammendriicken und nach oben
klappen, bis er an der Halogenlampe anliegt.

Den Klemmbdigel langsam loslassen, sodass er sich 6ffnet und hinter den Halteelementen
rechts und links einrastet.

Die Halogenlampe auf korrekten Sitz prifen.

Den Lampenstecker auf die Stifte der Lampe stecken. Auf richtigen Sitz des Steckers achten,
damit die Stifte nicht verbiegen.

Das Kabel des Lampensteckers so in das Stativ fihren, dass es beim Einbau der Abdeckung
nicht beschadigt wird.

10. Die Abdeckung einsetzen, siehe Abdeckung entfernen (Auflichteinheit) [» 137].

LED-Leuchte wechseln

Zum Auswechseln der LED-Leuchte wie folgt vorgehen:

Abdeckung abnehmen [» 137]

LED-Leuchte inkl. Adapter ausbauen [» 139]
LED-Leuchte im Adapter auswechseln [» 140]
LED-Leuchte inkl. Adapter einbauen [» 140]
Abdeckung einsetzen [) 137]
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10.9.3.1 LED-Leuchte ausbauen

/A\ VORSICHT

Augenschaden oder Hautreizungen aufgrund gefahrlicher Lichtemissionen

Die Lichtquelle gehort der Risikogruppe 2 nach IEC 62471 an und gibt LED- und UV-Strahlung
ab. Diese Strahlung kann Augenschaden oder Hautreizungen verursachen.

» Niemals direkt in die Lichtaustrittséffnung der Lichtquelle blicken.

» Einwirkung der Strahlung auf die Haut vermeiden. Bei Bedarf geeignete Schutzausrustung/
Schutzkleidung verwenden.

» Vor dem Ein- oder Ausbau der Lichtquelle immer sicherstellen, dass diese ausgeschaltet ist.

BEl Lcuchtenstecker IEJ Adapter
Halteelement I3 Buchse

Bl Haltetubus I schlaufen des Klemmbiigels
LED-Leuchte

Voraussetzung v~ Die Abdeckung ist ausgebaut, siehe Abdeckung entfernen (Auflichteinheit) [» 137].
Verfahren 1. Den Klemmbugel der Lampenfassung an den Schlaufen zusammendriicken und nach vorne
herausklappen.
2. Den LED-Leuchtenstecker aus der Buchse am Stativ ziehen.
Die alte LED-Leuchte zusammen mit dem Adapter aus dem Haltetubus herausziehen.
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10.9.3.2 LED-Leuchte im Adapter auswechseln

BEl seitliche Schraube IEB Adapter

LED-Leuchte (alt) I3 LED-Leuchte (neu)

Teileund # Innensechskantschlissel, 2,5 mm
Werkzeuge

Verfahren 1 pie drei seitlichen Schrauben KM [6sen.
Die alte LED-Leuchte aus dem Adapter herausnehmen.

Die neue LED-Leuchte n in den Adapter einsetzen.
Die drei seitlichen Schrauben am Adapter festziehen.

A woN

10.9.3.3 LED-Leuchte montieren

Leuchtenstecker Adapter

Pinhole Il Halteelement
BEl Buchse I Haltetubus
Schlaufen des Klemmbugels IEEN Adapterkante

BEEN LtD-Leuchte
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Verfahren 1 pie neue LED-Leuchte IEM zusammen mit dem Adapter bis zum Anschlag in den
Haltetubus einschieben.

2. Die neue LED-Leuchte mit dem Pinhole nach links, bzw. mit der Adapterkante n
nach rechts ausgerichtet, ansetzen.

3. Den Leuchtenstecker in die Buchse am Stativ stecken.

Den Klemmbugel der Lampenfassung anheben, bis er vollstandig an der Lampenfassung
anliegt.

- Dabei die Schlaufen des Klemmbugels leicht zusammendricken und an den beiden

Halteelementen n vorbeifihren.
- Die Schlaufen loslassen, sodass der Klemmbdigel sich 6ffnet und auf beiden Seiten hinter
den Halteelementen einrastet.

5. Die Abdeckung einsetzen, siehe Abdeckung entfernen (Auflichteinheit) [» 137].

10.9.4 LED-Module der Fluoreszenz-Leuchte wechseln

Zum Auswechseln der LED-Module wie folgt vorgehen:
= Abdeckung abnehmen [} 137]

= Modulhalter ausbauen [» 141]

= LED-Module austauschen [» 142]

= Modulhalter montieren [) 143]

= Abdeckung einsetzen [) 137]

10.9.4.1 Modulhalter ausbauen

Bl Vodulhalter

Voraussetzung v Die Abdeckung ist ausgebaut, siehe Abdeckung entfernen (Auflichteinheit) [» 137].

Verfahren 1 pen Modulhalter aus der Buchse am Stativ herausschrauben.

Betriebsanleitung ZEISS Axiolab 5, Axiolab 5 materials | de | Rev. 9 | 430037-7444-000 141



10 Zubehor und Systemerweiterungen | 10.9 Lichtquelle fiir Auflicht ZEISS

10.9.4.2 LED-Module austauschen

Verfahren

Haut- oder Augenverletzungen aufgrund gefahrlicher Lichtemissionen

Die Lichtquelle gehort der Risikogruppe 3 nach IEC 62471 an und gibt LED- und UV-Strahlung
ab. Diese Strahlung kann Haut- oder Augenverletzungen verursachen.

»

v

v

Jede Einwirkung der Lichtaustrittséffnung der Lichtquelle auf die Augen oder die Haut
vermeiden.

Einwirkung der Strahlung auf die Haut vermeiden. Bei Bedarf geeignete Schutzausriistung/
Schutzkleidung verwenden.

Vor dem Ein- oder Ausbau der Lichtquelle immer sicherstellen, dass diese ausgeschaltet ist.

1.

2.

o vk W

o

| e

Stecker LED-Modul 1

=

LED-Tubus, Position 1

LED-Modul 1 Buchse, Position 1

LED-Tubus, Position 2 Stecker LED-Modul 2

LED-Modul 2 Buchse, Position 2

LED-Tubus, Position 3 Stecker LED-Modul 3

W w
Wl -

LED-Modul 3 Buchse, Position 3

Die Modulstecker (lll, , BI) von den Anschlissen (m , ) der Modu-

leinheit abziehen.

Die alten LED-Module (IE , ) aus den LED-Tuben in der Moduleinheit heraus-
ziehen.

Die neuen LED-Module bis zum Anschlag in die LED-Tuben (ll , ) einschieben.
Darauf achten, dass die Module an den richtigen Haltepositionen eingesetzt wurden.

Die Modulstecker mit den Anschliissen der Moduleinheit verbinden.

Darauf achten, dass die Stecker in den richtigen Anschlussen sitzen.
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Info

Die LED-Positionen ll und entsprechen den Beschriftungen UV, B und G auf
der rechten Seite des Stativs Axiolab 5 Bio-DL/FL.

Info

Aufgrund des begrenzten Platzes in der LED-Moduleinheit muss erst das LED-Modul an Posi-

tion ausgebaut werden, bevor das LED-Modul an Position ausgewechselt werden
kann.

10.9.4.3 Modulhalter montieren

Maa

BEl Modulhalter

Verfahren ¢

Den Modulhalter in die Moduleinheit des Stativs einschrauben, um die Module zu
fixieren.

2. Die Abdeckung einsetzen, siehe Abdeckung entfernen (Auflichteinheit) [» 137].
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10.10 Axiocam 202 mono/208 color

Zweck Die Kamera nimmt Fotos des Mikroskopbildes auf.

Position Die Axiocam 202 mono oder Axiocam 208 color ist am Kameraanschluss des Fototubus montiert.

Abb. 48: Axiocam 202 mono/208 color

BEl Taste OSD-Menii Taste Bild-/Videoaufnahme
Taste Kamera-Reset (Werkseinstel- Il status-LED
lungen)

BEl  HDMI-Anschluss fur die Ubertragung  [Jf3ll  Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) fir

von Bilddaten an einen Monitor, TV Kommunikation und Bilddatenubertra-
oder Projektor gung
Anschluss fiir Kamerasteuerung und BEM  Anschluss fir Elektrizitatsversorgung
Bilddatentbertragung (USB 3.0) und Kommunikation mit dem Mikro-
skopstativ (iber Commercial-Micro-D-
Kabel)
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10.10.1 Axiocam 202 mono oder Axiocam 208 color montieren

Teileund # C-Mount-Kameraadapter
Werkzeuge  x (j5-Kabel (Commercial-Micro-D) (USB 2.0)
# HDMI-Kabel

Bl Axiocam B3 C-Mount-Kameraadapter
Ringmutter I Kameraanschluss
BEl HoMi-Kabel Il usB-Kabel (Commercial-Micro-D)

Stativbuchse

Verfahren 1 c.\jount-Kameraadapter an die Axiocam IO montieren.
2. Die Axiocam mit dem Adapter am Kameraanschluss n des Tubus anschlief3en.

3. Kamera am Stativ ausrichten und durch Festziehen der Ringmutter in der richtigen
Position fixieren.

4. Kamera Uber das USB-Kabel (Commercial-Micro-D) ﬂ mit der Buchse am Stativ
verbinden.
5. Kamera Uber ein HDMI-Kabel mit einem externen Monitor verbinden.

Alternativ die Kamera mit einem WLAN-Router, USB-C-Laufwerk oder PC verbinden; siehe
auch Betriebsmodi mit der Axiocam 202 mono/208 color [) 146].
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10.10.2

10.10.2.1

Zweck

Funktion

Betriebsmodi mit der Axiocam 202 mono/208 color

Axiocam als Stand-alone-System

Die Kamera nimmt das Mikroskopbild auf und speichert die Bilddaten auf dem mit der Kamera
verbundenen USB-Laufwerk.

Die Kamera dient als Steuerschnittstelle und wird Uber das USB-Kabel (Commercial-Micro-D) vom
Mikroskop mit Strom versorgt.

Ein USB-Laufwerk Typ C ist standardmafSig im Lieferumfang enthalten und kann zum Speichern
von Daten an den USB-Anschluss auf der Ruckseite der Kamera angeschlossen werden. Aufge-
nommene Bilder werden dann auf dem USB-Laufwerk gespeichert.

Funktionen des Mikroskopstativs wie Lichtmanager und Kodierung werden automatisch gestartet.
Die Kamera ist mit Bildoptimierungsfunktionen wie Echtfarbe und Rauschunterdriickung ausge-
stattet.

Mikroskopfunktionen:

= Lichtmanager

= Kodierte Komponenten

=  Bildoptimierung (Echtfarbe, Rauschunterdriickung)

=  Bildaufnahme und -speicherung auf USB-Laufwerk

= Videoaufnahme und -speicherung auf USB-Laufwerk

Commercial
Micro-D

Abb. 49: Axiocam als Stand-alone-System

BEl  usB-C-Laufwerk (im Lieferumfang
enthalten)
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10.10.2.2 Axiocam mit Anschluss an HD-Monitor, TV oder Projektor

Zweck Die Kamera nimmt Fotos des Mikroskopbilds auf.

Funktion Ein Monitor kann Uber ein HDMI-Kabel an die Kamera angeschlossen werden. Die Kamera wird
Uber das USB-Kabel (Commercial-Micro-D) vom Mikroskop mit Strom versorgt.

Ein Monitor kann tber ein HDMI-Kabel an die Kamera des Mikroskops angeschlossen werden. Die
Kamera wird Uber ein USB-Kabel (Commercial-Micro-D) vom Mikroskop mit Strom versorgt. Ein
USB-Hub kann am USB-Port der Kamera angeschlossen werden.

Maus und Tastatur (kabellos oder kabelgebunden) kénnen Uber den USB-Hub an die Kamera
angeschlossen werden und dienen zusammen mit dem Monitor als Steuerschnittstelle. Funktionen
wie Lichtmanager, Kodierung und Bildoptimierung werden automatisch gestartet. Live-Bilder
konnen auf dem Monitor angezeigt werden; erweiterte Funktionen sind auf dem On Screen
Display (OSD) verfuigbar.

Wird das Mikroskop mit der Lichtquelle Colibri 3 betrieben, kann die Ein-Tasten-Fluoreszenz
verwendet werden. Aufgenommene Bilder konnen auf dem USB-C-Laufwerk gespeichert werden,
das Uber den USB-Hub angeschlossen ist.

Mikroskopfunktionen:

= Lichtmanager

= Kodierte Komponenten

=  Bildoptimierung (Echtfarbe, Rauschunterdriickung)

= Anzeige von Live-Bildern auf dem Display

= Bildaufnahme und -speicherung auf dem USB-Laufwerk

= Videoaufnahme und -speicherung auf dem USB-Laufwerk

= Ein-Tasten-Fluoreszenz (nur bei Verwendung des Axioscope in Verbindung mit Colibri 3)
=  Erweiterte Funktionen im OSD

Homi
P
Commercial

Micro-D

SR

Abb. 50: Axiocam mit Anschluss an HD-Monitor, TV oder Projektor

BEl UsB-Hub (Eingang Typ C zu Ausgang BEl UsB-C-Laufwerk, im Lieferumfang
Typ A) enthalten

B Maus, Tastatur
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10.10.2.3 Axiocam mit Anschluss an Labscope/Matscope tiber WLAN-Dongle

Zweck Die Kamera nimmt Fotos des Mikroskopbilds auf.

Funktion Die Kamera wird Uiber das USB-Kabel (Commercial-Micro-D) vom Mikroskop mit Strom versorgt.

Ein optionaler Monitor kann Uber ein HDMI-Kabel an die Kamera angeschlossen werden.

Der empfohlene USB-WLAN-Dongle kann Uber den USB-Hub an die Kamera angeschlossen
werden.

Die Steuerschnittstelle kann ein WLAN-fahiger PC oder ein WLAN-fahiges tragbares elektronisches
Gerat sein.

Funktionen wie Lichtmanager, Kodierung, ECO-Modus und Bildoptimierung werden automatisch
gestartet.

Bei Anschluss eines Monitors kdnnen Live-Bilder auf dem Monitor angezeigt werden. Live-Bilder
kdnnen auch am PC oder auf tragbaren Geraten betrachtet werden; erweiterte Funktionen sind in
Labscope/Matscope verfugbar.

Mikroskopfunktionen:

= Lichtmanager

= Kodierte Komponenten

= ECO-Modus

=  Bildoptimierung

= Beobachtung von Live-Bildern

= Bildaufnahme und -speicherung uber die Software

= Ein-Tasten-Fluoreszenz (nur in Verbindung mit Axiolab Bio-DL/FL)

= Erweiterte Funktionen in Labscope/Matscope

.)))

Commercial
Micro-D

Abb. 51: Axiocam mit Anschluss an Labscope/Matscope (iber WLAN-Dongle

BEl UsB-WLAN-Dongle (siehe Modellemp-
fehlung auf der ZEISS Webseite)
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10.10.2.4 Axiocam mit Anschluss an Labscope/Matscope iiber WLAN-Router

Zweck Die Kamera nimmt Fotos des Mikroskopbilds auf.
Funktion Die Kamera wird iber das USB-Kabel (Commercial-Micro-D) vom Mikroskop mit Strom versorgt.
Ein optionaler Monitor kann Uber ein HDMI-Kabel an die Kamera angeschlossen werden.
Ein Router ist per Ethernet mit der Kamera verbunden.

Die Steuerschnittstelle kann ein PC oder ein tragbares elektronisches Gerat sein, das uber Ethernet
oder WLAN gesteuert wird.

Funktionen wie Lichtmanager, Kodierung, ECO-Modus und Bildoptimierung werden automatisch
gestartet.

Bei Anschluss eines Monitors kdnnen Live-Bilder auf dem Monitor angezeigt werden. Live-Bilder
kénnen auch an einem PC oder auf tragbaren Geraten betrachtet werden; erweiterte Funktionen
sind in Labscope/Matscope verfligbar.

Mikroskopfunktionen:

= Lichtmanager

= Kodierte Komponenten

= ECO-Modus

=  Bildoptimierung

= Beobachtung von Live-Bildern

=  Bildaufnahme und -speicherung tber die Software

= Ein-Tasten-Fluoreszenz (nur in Verbindung mit Axiolab Bio-DL/FL)

= Erweiterte Funktionen in Labscope/Matscope

Far

Commercial

Abb. 52: Axiocam mit Anschluss an Labscope/Matscope tiber WLAN-Router
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10.10.2.5 Axiocam mit Anschluss an Labscope/Matscope tiber USB

Zweck Die Kamera nimmt Fotos des Mikroskopbilds auf.
Funktion Die Kamera wird Uiber das USB-Kabel (Commercial-Micro-D) vom Mikroskop mit Strom versorgt.
Ein optionaler Monitor kann Uber ein HDMI-Kabel an die Kamera angeschlossen werden.

Ein PC oder Windows Surface Computer kann Gber ein USB-Kabel mit der Kamera verbunden
werden.

Funktionen wie Lichtmanager, Kodierung, ECO-Modus und Bildoptimierung werden automatisch
gestartet.

Bei Anschluss eines Monitors konnen Live-Bilder auf dem Monitor angezeigt werden. Live-Bilder
kénnen auch an einem PC oder Surface Computer betrachtet werden; erweiterte Funktionen sind
in Labscope/Matscope verflgbar.

Mikroskopfunktionen:

= Lichtmanager

= Kodierte Komponenten

= ECO-Modus

= Bildoptimierung

= Beobachtung von Live-Bildern

= Bildaufnahme und -speicherung uber die Software

= Ein-Tasten-Fluoreszenz (nur in Verbindung mit Axiolab Bio-DL/FL)

= Erweiterte Funktionen in Labscope/Matscope

S50 —,
i

Abb. 53: Axiocam mit Anschluss an Labscope/Matscope uber USB

10.10.2.6 Axiocam mit Anschluss an ZEN-Software liber USB

Zweck Die Kamera nimmt Fotos des Mikroskopbilds auf.
Funktion Die Kamera wird Uiber das USB-Kabel (Commercial-Micro-D) vom Mikroskop mit Strom versorgt.

Eine Workstation kann Giber USB-Kabel sowohl mit der Kamera als auch mit dem Mikroskopstativ
verbunden werden.

Funktionen wie Lichtmanager, Kodierung und ECO-Modus werden automatisch gestartet.

Live-Bilder konnen auch an der Workstation betrachtet werden; grundlegende Funktionen sind in
ZEN verflgbar.

Mikroskopfunktionen:

= Lichtmanager

= Kodierte Komponenten
= ECO-Modus

= Bildoptimierung
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= Beobachtung von Live-Bildern
=  Bildaufnahme und -speicherung Uber die Software
= Grundlegende Funktionen in ZEN

Corr]metcial
Mi D el

Powver supply

Abb. 54: Axiocam mit Anschluss an ZEN-Software (iber USB

10.11 Filter 32 x 4 mm auf den Bedienring der Leuchtfeldblende montieren

Bl Filterklemme N Filter

BEN Bedienring der Leuchtfeldblende

Verfahren 1 pie Filterklemme bei Bedarf entfernen.
2. Das Filter auf den Bedienring der Leuchtfeldblende auflegen.

3. Zum Befestigen des Filters die Filterklemme auf den Bedienring der Leuchtfeldblende
aufsetzen.

Zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
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11 Versionshistorie

Revision Date of Issue Introduced Modifications

9 04/2023 = Redaktionelle Uberarbeitung
= Implementierung der UKCA-Kennzeichnung
8 05/2022 = Implementierung der Versionshistorie

= Anpassung an Verordnung (EU) 2017/746 (IVDR)

Tab. 4: Revision History
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Glossar

Glossar

C-DIC
[Differential Interference Contrast in ciru-
larly polarized light] Differenzieller Inter-
ferenzkontrast in zirkular polarisiertem
Licht, ein Kontastverfahren, das das diffe-
rentielle Interferenzkontrastverfahren mit
zirkular polarisiertem Licht verwendet
und so Probenstrukturen vollstandig
abbildet, die anderenfalls nur in einer
bestimmten Ausrichtung sichtbar sind

DF (Dunkelfeld)

Beleuchtungs- und Imaging-System, das
den Eintritt von direktem Licht in die
Objektivapertur verhindert.

DIC

[Differential Interference Contrast] Diffe-
rentieller Interferenzkontrast. Ein bildge-
bendes Lichtmikroskopieverfahren, das
Unterschiede in der optischen Weglange
im Objekt in Unterschiede der Bildhellig-
keit umwandelt.

DL (Durchlicht)

Zur Beleuchtung eines Objekts verwen-
detes Licht, bei dem das Objekt mit dem
Licht durchleuchtet wird.

FL

Fluoreszenz. Phanomen einer selektiven
Absorption von Strahlung mit relativ
kurzer Wellenlange (d. h. relativ hoher
Energie) durch Materie mit dem Ergebnis
der Emission von Strahlung mit langerer
Wellenlange (d. h. niedrigerer Energie),
die nur sehr kurz nach dem Ende der
Anregung anhalt.

HF (Hellfeld)

Beleuchtungs- und Abbildungssystem, bei
dem das direkte Licht die Objektivapertur
durchsetzt und den Hintergrund, gegen-
Uber dem das Bild gesehen wird, hell
darstellt.

RL/ AL (Auflicht)

[Reflected Light] Bezeichnung fir Mikro-
skopieverfahren zur Abbildung von Licht,
das von einem Objekt reflektiert wurde.

TIC (totaler Interferenzkontrast)

[Total Interference Contrast] Totaler
Interferenzkontrast in zirlular polari-
siertem Licht ist ein Verfahren fur die
Bildgebung und Schichtdickemessung in
der Materialmikroskopie. Im Gegensatz
zu herkdmmlichen Polarisationsinterfero-
metern wird die Arbeit bei diesem
Verfahren in zirkular polarisiertem Licht
durchgeflhrt.

ZEISS Vertriebs- und Servicepartner

Der Vertriebs- und Servicepartner ist in
der Regel im AufRendienst flr die
Kundenbetreuung in einer bestimmten
Region und/oder fur eine klar definierte
Kundengruppe.

ZEISS-Servicevertreter

Besonders ausgebildete Servicefachkraft,
entweder Personal von ZEISS oder autori-
sierter Servicepartner der Firma ZEISS.

ZEN
[ZEISS Efficient Navigation]
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26, 27, 28, 30, 31, 33
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Lambda/4-Platte 126
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Lochblende 54

M
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Einbau 59
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Netzanschluss 105

0
Objektiv 39,55
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Objekttragerhalter 41,116, 117
Okular 38,54
Okular-Strichplatte 38
Okular-Strichplatte
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Optionale Systemerweiterungen 108
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Optischer Charakter von Kristallen 48, 80

P
Permanent-Modus 67
Phasenkontrast 44,73
Polarisation 45, 49, 73, 87
Polarisationsrichtung 45, 75, 79
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Zirkular- 76, 82
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Einbau 129
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Wasserlosliche Verunreinigungen 94
S
Schulung 12
Sichere Betriebsbedingungen 12
Sicherheit 11,92

Gerate 18

Sicherheitsverriegelungen 18
Sicherung

wechseln 94
Software 10
Storungsbeseitigung 97
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